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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

POWER QUALITY MEASUREMENT IN POWER SUPPLY SYSTEMS -

Part 2: Functional tests and uncertainty requirements

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization ¢
all ndtional electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is_to

intern
this e
Techn|

htional co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic
hd and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Sped
ical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to

Publigation(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National-Committee
in thd subject dealt with may participate in this preparatory work. International,‘/governmental

gover
with t
agree

mental organizations liaising with the IEC also participate in this preparatign )IEC collaborat

nent between the two organizations.

2) The fdrmal decisions or agreements of IEC on technical matters express, aSsearly as possible, an int

conse
intere

hsus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representatiof
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INTRODUCTION

Power quality is more and more important worldwide in power supply systems and is generally
assessed by power quality instruments.

This part of IEC 62586 specifies functional and uncertainty tests intended to verify the
compliance of a product to class A and class S measurement methods defined in
IEC 61000-4-30.

This document therefore complements IEC 61000-4-30.
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POWER QUALITY MEASUREMENT IN POWER SUPPLY SYSTEMS -

Part 2: Functional tests and uncertainty requirements

1 Scope

This part of IEC 62586 specifies functional tests and uncertainty requirements for instruments
whose functions include measuring, recording, and possibly monitoring power quality
paramef{ers I power Supply systems, and wWhose measuring methods (ctass A or ciasg S) are
defined fin IEC 61000-4-30.

This do¢ument applies to power quality instruments complying with IEC 625863 1.

This do¢ument can also be referred to by other product standards (e.g.<digital fault regorders,
revenug meters, MV or HV protection relays) specifying devices embedding class A pr class
S power quality functions according to IEC 61000-4-30.

These fequirements are applicable in single-, dual- (split phase) and 3-phase AC power
supply qystems at 50 Hz or 60 Hz.

It is nof the intent of this document to address user ihterface or topics unrelated tq device
measurément performance.

The dodument does not cover post-processing<and interpretation of the data, for example with
dedicated software.

2 Norfmative references

The follpwing documents are referred to in the text in such a way that some or all|of their
content|constitutes requirements of this document. For dated references, only the| edition
cited applies. For undatedsreferences, the latest edition of the referenced document (including
any amendments) applies.

IEC 61000-2-4, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 2-4: Environment — Compatibility
levels in industrial'plants for low-frequency conducted disturbances

IEC 610004-7, E/ectromagnetlc compat:blllty (EMC) - Part 4-7: Test/ng and meaSJrement
technique asu ts and
instrumentation, for power supply systems and equ1pment connected thereto

IEC 61000-4-15, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-15: Testing and measurement
techniques — Flickermeter — Functional and design specifications

IEC 61000-4-30:2015, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-30: Testing and
measurement techniques — Power quality measurement methods

IEC 62586-1:2013, Power quality measurement in power supply systems — Part 1. Power
quality instruments (PQI)

ISO/IEC Guide 98-3:2008, Uncertainty of measurement — Part 3: Guide to the expression of
uncertainty in measurement (GUM:1995)
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3 Terms, definitions, abbreviated terms, notations and symbols

For the purposes of this document, the terms and definitions given in IEC 61000-4-30 and the
following apply.

ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the following
addresses:

e |EC Electropedia: available at http://www.electropedia.org/
e |SO Online browsing platform: available at http://www.iso.org/obp

3.1 General terms and definitions

3.11
limit range of operation
extremg conditions that a measuring instrument can withstand witholt,-damage and
degraddtion of its metrological characteristics when it is subsequently ©gerated within its
rated operating conditions

Note 1 tolentry: The measuring instrument should be able to function within the Jimit fange of operation.

3.1.2
rated rgnge of operation
range df values of a single influence quantity that forfmis a part of the rated operating
conditiohs

Note 1 tolentry: Uncertainty should be met within the rated range of operation.
3.2 Terms and definitions related to uncertainty

3.21
intrinsic uncertainty
uncertainty of a measuring instrumentwhen used under reference conditions

Note 1 tolentry: In this document, it is a‘percentage of the measured value defined in its rated range anpd with all
influence [quantities under reference conditions, unless otherwise stated.

[SOURCE: IEC 60359:2001,*3.2.10, modified — Note 1 to entry has been added.]

3.2.2
influeng¢e quantity
quantity] whichis not the subject of the measurement and whose change affgcts the
relationghip between the indication and the result of the measurement

Note 1 to nnfry- Influence quanfifine can nriginnfn from the measured eyefnm‘ the mnaeuring nquirr_\m nt or the

environment [IEV].

Note 2 to entry: As the calibration diagram depends on the influence quantities, in order to assign the result of a
measurement it is necessary to know whether the relevant influence quantities lie within the specified range [IEV].

Note 3 to entry: An influence quantity is said to lie within a range C’ to C" when the results of its measurement
satisfy the relationship: C’<V-U<V+U<C"

[SOURCE: IEC 60359:2001, 3.1.14]

3.2.3

variation

variation due to a single influence quantity

difference between the value measured under reference conditions and any value measured
within the rated operating range (for this specific influence quantity)
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Note 1 to entry: The other performance characteristics and the other influence quantities should stay within the
ranges specified for the reference conditions.

3.24

rated operating conditions

set of conditions that shall be fulfilled during the measurement in order that a calibration
diagram may be valid

Note 1 to entry: Beside the specified measuring range and rated operating ranges for the influence quantities, the
conditions may include specified ranges for other performance characteristics and other indications that cannot be
expressed as ranges of quantities.

[SOURCE: IEC 60359:2001, 3.3.13]

3.2.5
operating uncertainty
uncertainty under the rated operating conditions

Note 1 to|entry: The operating instrumental uncertainty, like the intrinsic one, is not eyaluated by the uper of the
instrument, but is stated by its manufacturer or calibrator. The statement may be,expressed by means of an
algebraic|relation involving the intrinsic instrumental uncertainty and the values,.of/one or several|influence
quantities|, but such a relation is just a convenient means of expressing @ set of operating indtrumental
uncertain{ies under different operating conditions, not a functional relation\to be used for evaluating the
propagatipn of uncertainty inside the instrument.

[SOURCE: IEC 60359:2001, 3.2.11, modified — The word "instrumental" has been nemoved
from both the term and the definition.]

3.2.6
overall system uncertainty
uncertainty including the instrumental uncertainty of all components related |to the
measurgment system (sensors, wires, measuring instrument, etc.) under the rated operating
condition

3.2.7
nominal value of current input /4
full scale RMS value specified by:the manufacturer as defined in IEC 61000-4-30

3.3 Notations
3.3.1 Functions

See the|functionsidefined in IEC 61000-4-30:2015.

3.3.2 Symbols and abbreviated terms

N.R. pot.-requested

N.A. not applicable

3.3.3 Indices
min minimum value

max maximum value
4 Requirements

4.1 Requirements for products complying with class A

Products compliant with class A of IEC 61000-4-30 shall comply with the following
requirements:

— compliance with class A operational uncertainty, based on testing, as defined in Clause 8;
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— compliance with class A functional tests as defined in Clause 6, based on common
requirements defined in Clause 5. A summary of those tests is provided in Table 1.

Table 1 — Summary of type tests for class A

Power system | Clause | Measurement | Measurement uncertainty and | Measurement | Measurement
influence method measuring range evaluation aggregation
quantities - .

Uncertainty | Variations due
under to influence
reference quantities
conditions

Power frequency | 6.1 6.1.2 6.1.3.1 6.1.3.2 6.1.4 N.A.
Magnitude-ef 62 624 622+ 6222 N 624
supply voltage
Flicker 6.3 See See N.A. N.A. NMA.

IEC 61000-4- IEC 61000-4-

15 15
Supply vpltage 6.4 6.4 6.4 6.4 N.A. 6.4
interruptipns,
dips and|swells
Supply voltage 6.5 6.5 6.5 N.A. N.A. N.A.
unbalande
Voltage 6.6 6.6.1 6.6.2.1 6.6.2.2 N.A. 6.6.4
harmonids
Voltage 6.7 6.7.1 6.7.2.1 6.7.2.2 N.A. 6.7.4
interharnjonics
Mains signalling |6.8 6.8 6.8 618.2.2 N.A. 6.8
voltage
Under-oer 6.9 6.9 6.9 6.9 N.A. 6.9
deviationls
Flagging 6.10 6.10 N.A N.A. N.A. N.A.
Clock 6.11 N.A. 6.11 N.A. N.A. N.A.
uncertairlty
testing
Variations due to [6.12 N.A. N.A. 6.12 N.A. N.A.
external
influence
quantities
Rapid voltage 6.13 6.13.2 N.A. N.A. N.A. N.A.
changes 6.13.3

6.13.4

6.13.5

6.13.6

6.13.7
Magnitude ‘of 6.14 6.2.1 6.2.2.1 6.2.2.2 N.A. N.A.
current
Harmonic 6.15 6.6.1 6.6.2.1 6.6.2.2 N.A. 6.6.4
current
Interharmonic 6.16 6.7.1 6.7.2.1 6.7.2.2 N.A. 6.7.4
currents
Current 6.17 6.17.2 6.17.2 N.A. N.A. N.A.
unbalance
4.2 Requirements for products complying with class S

The testing procedure for class S instruments is identical to class A instruments, if class A
measurement methods are implemented (see Clause 6). However, the measurement range
and measuring uncertainty are expected to meet or exceed the performance requirements

defined in IEC 61000-4-30 for class S instruments.
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comply with the following

— compliance with class S operational uncertainty, based on testing, as defined in Clause 8;

— compliance with class S functional tests as defined in Clause 7, based on common
requirements defined in Clause 5. A summary of those tests is provided in Table 2.

Table 2 — Summary of type tests for class S

Power system | Clause | Measurement Measurement uncertainty Measurement | Measurement
influence method and measuring range evaluation aggregation
quantities - .

Uncertainty Variations
whder due-to
reference influence
conditions quantities

Power 7.1 7.1.2 7.1.3.1 7.1.3.2 7.1.4 N.A.

frequengy

Magnitugle of 7.2 7.2.1 7.2.21 7.2.2.2 N.A. 7.2.4

supply vpltage

Flicker 7.3 N.A. N.A. N.A. N.AC N.A.

Supply Joltage 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 N.A.

interrupfions,

dips and swells

Supply Joltage 7.5 7.5.2 7.5.2 N.A. N.A. 7.5.3

unbalange

Voltage 7.6 7.6.2 7.6.3.1 7:6.3.2 N.A. 7.6.5

harmonigs

Voltage 7.7 7.7 7.7 7.7 N.A. 7.7

interharmonics

Mains 7.8 7.8.2 7.8.3:1 N.A. N.A. N.A.

signalling

voltage

Under-oyer 7.9 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

deviatiofps

Flagging 7.10 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Clock 7.1 N.A\ N.A. N.A. N.A. N.A.

uncertaipty

testing

Variations due 7.12 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

to external

influence

quantitigs

Rapid vgltage 7.13 6.13.2.1, N.A. N.A. N.A. N.A.

changes 6.13.3,

6-13;
6.13.5,
6.13.6,
6.13.7

Magnitude of 7.14 7.2.1 7.2.21 7222 N.A. N.A.

current

Harmonic 7.15 7.6.2 7.6.3.1 7.6.3.2 N.A. 7.6.5

currents

Interharmonic 7.16 7.7 7.7 7.7 N.A. 7.7

currents

Current 717 7.17.2 7.17.2 N.A. N.A. N.A.

unbalance
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5 Functional type tests common requirements

5.1 General philosophy for testing
5.1.1 System topology

In case of measuring devices for three phase systems, the test shall be based on a 4-wire
topology whenever influence quantities address voltage dips, swells, and unbalance (see
6.4.2,6.4.3,6.5,7.4.2,7.4.3 and 7.5)

5.1.2 Stabilization time

; o L e o bttt o gLl PN PEETON T T Lol f
The time—duration SPpecttreg—ror—eacn—testr i mits—aocument—aoesSTormcrude—tne stahilization

time of both the test equipment and the device under test.

5.1.3 Measuring ranges

Table 3| below defines the different testing points that shall be applied, @ecording to |the test
procedures defined in Clause 6 and Clause 7 for checking the uncertainty over the mgasuring
range.
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Measured Class Testing Testing Testing Testing point Testing point
parameter point P12 point P2 @ point P3 @ P42 P52

Frequency AorS | 42,5Hz 50,05 Hz 57,5 Hz 50 Hz N.A.

50 Hz ® (covers

50 Hz)

Frequency AorS | 51 Hz 59,95 Hz 69 Hz 60 Hz N.A.

60 Hz ® (covers

60 Hz)

Voltage A 10 % Uy, 45 % Uy, 80 % Uy, 115 % Uy, 150 % Uy,

magnitude S 20 % Uy, 45 % Uy, 70 % Uy, 95 % Uy, 120 % Uy,

Magnitude of AorS | 10 % 1, 45 % I, 80 % I, 100 % I N.A.

current

Swells © A Threshold Threshold 110 % Uy, 120 % Uy, 200:% [Uyin
swell - d swell + 9

S Threshold Threshold 110 % Uy, 120 % Uy, 150 % [Uyin
swell - d swell + 94

Dips © A Threshold Threshold 20 % Uy, 60 % Uim 85 % Yyin

dip + ¢ dip - ¢
S Threshold Threshold 20 % Uy, 60 % Uy, 85 % Yyin
dip + ¢ dip - ¢

Harmonics A Fundamental | Fundamental | Fundamental  Fundamental Fundamental
as specified as specified as specified as specified as spegified
5 % on the 10 % on the 1 % on.the Distortion on Distortion on
2"d harmonic | 3™ harmonic | 50t all harmonics all harfonics

harmonic simultaneously | simultgneously
up to the 50t up to t]e 50th
order at 10 % order gt 200 %
of class 3 of clas$ 3
compatibility compatibility
levels from levels from
IEC 61000-2-4 IEC 61D00-2-4
S Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental Fundarental
as specified as specified as specified as specified as spegified
5 % on the 10 % on the 1 % on the Distortion on Distortion on
2"d harmofi¢’ | 3™ harmonic | 40t all harmonics all harfonics
harmonic simultaneously | simultgneously
up to the 401" up to t]e 40t
order at 10 % order gt 100 %
of class 3 of clas$ 3
compatibility compatibility
levels from levels from
IEC 61000-2-4 IEC 61D00-2-4

Interharmonics f A Fundamental | Fundamental | Fundamental | Fundamental Fundamental
as specified as specified as specified as specified as spegified
5 % on the 10 % on the 1 % on the Distortion on 4 | Distortion on 4
interharmo- interharmo- interharmo- selected selectdd
nic at nic at nic at interharmo- interhafmo-
1,5 x the 7,5 x the 49,5 x the nics © up to the | nics © up to the
fundamental | fundamental | fundamental | 50" order at 50" order at
frequency frequency frequency 10 % of class 200 % of class

3 compatibility | 3 compatibility

levels from levels from

IEC 61000-2-4 IEC 61000-2-4
S N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

MsV A Uy, @pplied Uy, @pplied Uy, @pplied Uy, applied at Uy, applied at
at the at the at the the the
fundamental fundamental fundamental fundamental fundamental
frequency, frequency, frequency, frequency, with | frequency, with
with 0 % Uy, | with 1 % Uy, | with3 % Uy, | 9 % Uy, atthe | 15 % U at
at the at the at the specified the specified
specified specified specified carrier carrier
carrier carrier carrier frequency frequency
frequency frequency frequency

S N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
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Measured parameters shall be considered individually, e.g. testing point P1 for frequency, testing point P2
for flicker.

Instruments intended to work at 50 Hz shall use the figures provided in the line "Frequency 50 Hz".
Instruments intended to work at 60 Hz shall use the figures provided in the line "Frequency 60 Hz".
Instruments intended to work both at 50 Hz and 60 Hz shall use the figures provided in lines "Frequency

50 Hz" and "Frequency 60 Hz".
¢ See details in Annex D.

measurement + hysteresis

Threshold swell + = lowest threshold for swells declared by manufacturer + uncertainty of residual voltage

Threshold swell - = lowest threshold for swells declared by manufacturer — uncertainty of residual voltage
measurement - hysteresis

Threshold dip + = lowest threshold for dips declared by manufacturer + uncertainty of residual
measurement + hysteresis

voltage

Threghold dip - = lowest threshold for dips declared by manufacturer — uncertainty of residual
measurement - hysteresis

¢  The manufacturer may select the interharmonics but shall report them in the type test reporty

Harn|

NOTE [This table is derived from Clause 6 of IEC 61000-4-30:2015.

onics and interharmonics phase angles shall not be shifted from the fundamental.

voltage

5.1.4

Table 4
consistsg

NOTE R

Table 4
quantity
power-s

intended to be applied according to the test’procedures defined in Clause 6 and Claus

Single "power-system influence quantities"

nt with a subset of the requirements of 6.1 of IEC 61000-4-30:2008.

equirements of 6.1 were removed in IEC 61000-4-30:2Q045

, and for each performance class. Testing states will have to be considered f{
ystem influence quantity independently ‘and not as a whole set. These test pd

specifies in detail the test points defined for power-system influence qujantities,

specifies the testing states' min, mean.and max for each power-system influence

or each
ints are
B 7.
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Table 4 - List of single "power-system influence quantities”

Power system Class Testing state S1 2 Testing state S2 2 Testing state S3 2 | Testing state S4 2
influence
quantities
Frequency AorS |42,5Hz 50 Hz 57,5 Hz N.A.
50 Hz © (covers
50 Hz)
Frequency AorS [51Hz 60 Hz 69 Hz N.A.
60 Hz © (covers
60 Hz)
Voltage A 10 % Uy, N.A. 200 % Uy, N.A.
magnitude s [10%uU,, NA. 150 % U, N.A.
Magnitude of AorS |10 % I, N.A. 100 % I, N.A.
current
Harmonics (in Aors |° d N.A. N.A. N.A.
addition to the % %
specified fundamental fundamental
fgndalmental signal signal
signal) H1: 100% H1: 100%
H3: 10% 180° | H3: 60%
H7: 10% 180° | 180
H11: 10% H5: 55% 0
180° H7: 50%
H15: 4% 180° | 180
H19: 5% 180° | H9: 41% 0
H23: 5% 180°
Interharmonics P A N.A. Frequency = 1,5 x Frequency = 0,5 x Digtortion applied
: : d fundamental fundamental at fwo
gggijdmg ranky frequency; 9 % of frequency; 2,5 % of |intgrharmonic
fundamental) Udin Udin fr‘equenmes
sinmultaneously:
1) Frequency = 2"
harmonic plus
5 Hz (105 Hz at
50(Hz, and/or
12p Hz at 60 Hz),
Mdgnitude = 4 %
of Usin
2) Frequency = 2nd
harmonic plus
10(Hz (110 Hz at
50(Hz, and/or 130
Hz|at 60 Hz),
Mdgnitude = 6 %
of Vain
S N.A. Frequency = Frequency = N.A.

1,5 x fundamental

0,5 x fundamental

mequency,; £,9 7o OT

Udin

mequency,; £,9 7o OT

Udin

a8 Influence quantities shall be considered individually, e.g.

Other influence quantities shall stay in reference conditions for testing.

¢ This signal represents a crest factor of 2.

This signal represents a crest factor of 3.

Mains signaling voltages may be used like interharmonics as an influence quantity.

testing state S1 for frequency, testing state S2 for flicker, etc.

¢ Instruments intended to work at 50 Hz shall use the figures provided in the line "Frequency 50 Hz". Instruments intended to
work at 60 Hz shall use the figures provided in the line "Frequency 60 Hz". Instruments intended to work both at 50 Hz and
60 Hz shall use the figures provided in lines "Frequency 50 Hz" and "Frequency 60 Hz".
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5.1.5 "External influence quantities”

Table 5 and Table 6 specify the different testing states related to temperature and power
supply voltage.

Table 5 - Influence of temperature

Influence quantities Testing state ET1 Testing state ET2 Testing state ET3
Temperature 2 Minimum temperature of Worst case as defined by | Maximum temperature of
the rated range of the manufacturer in the the rated range of
operation. P range 0 °C to 45 °C. ° operation. P
Bathe time as needed to Bathe time as needed to Bathe time as needed to
dbhiUVU Uqui“bl;ulll, ab:l;UVU U\..{U“ibliulll, dbhiUVU cqui“bl;u n,
minimum 1 h. minimum 1 h. minimum 1 h,

a8 Circylating air may be forced into the testing chamber, lowering the impact of product.'self-heating. If
circulating air is forced, then the temperature limit shall be adjusted to take into account therimpaft of the
forcgd air on the internal temperature of the device under test. If the user of the standard makes such
accommodations, the user shall provide sufficient details of this accommodation sd that the tesf can be
reprgduced.

b For PQI products, this rated range of operation is specified in IEC 62586-1. Each manufacturer or| product
stanglard referring to IEC 62586-2 will have to specify the rated temperature range of operation.

Table 6 — Influence of auxiliary power,supply voltage

Influence quantities Testing state EV1 Testing state EV2

Auxiliary power supply voltage U,.in @s specified by manufacturer U,,ax @S specified by manufpcturer

5.1.6 Test criteria

Table 7 [specifies the different generic test criteria used in Clause 6 and Clause 7.
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Table 7 — List of generic test criteria

Test criteria No. Definition

TC10s(unc) Every 10 s frequency measurement shall be within its specified uncertainty.

TC10s(sam) Every 10 s frequency measurement shall be the same (within twice the intrinsic
uncertainty).

TC(11< N £13) Counter of frequency readings in 2 min: 11 < N <13

TC10/12(unc) Every basic 10/12-cycle measurement shall be within its specified uncertainty.

TC150/180(unc) Every 150/180-cycle aggregation measurement shall be within its specified
uncertainty.

TC10/12(unc)-harm For the harmonic order(s) being tested, every basic 10/12-cycle measurement

[ shall be within the ||nrnrfainfy err_\nrifinrl NJ1EC 61000-4-7 class |

TC150/180(unc)-harm For the harmonic order(s) being tested, every 150/180-cycle aggregation
measurement shall be within the uncertainty specified in IEC 61000¢4-7clgss I.

TC10 min(unc)-harm For the harmonic order(s) being tested, every 10 min aggregation°méasurgment
shall be within the uncertainty specified in IEC 61000-4-7 class I!

TC150/180(unc)-thd The total harmonic distortion is calculated according to the-definition for sybgroup
total harmonic distortion (THDS) in IEC 61000-4-7.

TC10/14(unc)-interharm For the interharmonics order(s) being tested, every basic 10/12-cycle

measurement shall be within the uncertainty specified in IEC 61000-4-7 clgss I.

TC150/180(unc)-interharm | For the interharmonics order(s) being tested, every 150/180-cycle aggregation
measurement shall be within the uncertainty-specified in IEC 61000-4-7 clgss |I.

TC10 min(unc)-interharm For the interharmonics order(s) being tested, every 10 min aggregation
measurement shall be within the uncertainty specified in IEC 61000-4-7 clgss |I.

The manufacturer may proceed with several repetitions of the 'same test in sequence to ensure that the results
are repeatable.

5.2 Tlesting procedure
5.21 Device under test

The deVice under test shall be representative of the device in production.

5.2.2 Testing conditions
Referenice conditions for-testing defined in the related product standard shall apply unless

otherwige specifieds, For PQIl products, these reference conditions are specjfied in
IEC 62586-1.

5.2.3 Testing equipment

Testing [équipment and its calibration date shall be specified in the test report and in the
certificate.

For class A testing, an external synchronisation device shall be used.

NOTE Some guidance is provided in Annex H.

6 Functional testing procedure for instruments complying with class A
according to IEC 61000-4-30

6.1 Power frequency
6.1.1 General

Frequency measurement shall be made on the reference channel.


https://iecnorm.com/api/?name=a98f3c221ce0f038ffbe19a59a7b3e28

IEC 62586-2:2017 © |IEC 2017

6.1.2

Each test shall last at least 2 min.

Measurement method

- 23—

No. Target of the test Testing points Complementary test Test criterion (if
according to Table 3 conditions test is applicable)
A1.1.1 | Check that averaging Loop (see graph Count the number of TC10s(sam)
interval is 10 s below): frequency readings in
P1-P3 triangle 2 min (N)
Duration: 5 s TC(11< N <13)
P3-P1 triangle
Duration: 5 s
fHz
5s 10s 15s
6.1.3 Measurement uncertainty and measuring.range
6.1.3.1 Uncertainty under reference conditions
Each test shall last at least 1 min.
No. Target of the test Testing points Complementary test Test critefion (if
according to Table 3 conditions test is applicable)
A1.2.1 Check measuring range P1 for frequency 2@ N.A. TC10s(unc),
A1.2.2 | Check measuring range P2 for frequency 2@ N.A. TC10s(unc)
A1.2.3 | Check measuring range P3 for frequency 2 N.A. TC10s(unc),
2 Instruments intended fo“work at 50 Hz shall use the figures provided in the line "Frequency 50 Hz"
in Table 3. Instruments~intended to work at 60 Hz shall use the figures provided in the line "Frequency
60 HEz" in Table 3.4nstruments intended to work both at 50 Hz and 60 Hz shall use the figures provigled both
lines| "Frequency.50-Hz" and "Frequency 60 Hz".
6.1.3.2 Variations due to single influence quantities

Each test shall last at least 1 min.
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No. Target of the test Testing points Complementary test Test criterion (if
according to Table 3 conditions test is applicable)
A1.3.1 Measure influence of P2 for frequency 2° S1 for voltage TC10s(unc)
voltage magnitude on magnitude.
measurement uncertainty
(for further calculations as
required in Clause 8).
A1.3.2 | Measure influence of P2 for frequency 2° S1 for harmonics TC10s(unc)

harmonics on measurement
uncertainty (for further
calculations as required in
Clause 8).

a8 Instruments intended to work at 50 Hz shall use the figures provided in the line "Frequency 50 Hz"
in Tabte—3—instruments—intended—to—work—at—66Hz—staltuse—the f;yulco pluv;dcd H—tre—tHre— quency
60 HEz" in Table 3. Instruments intended to work both at 50 Hz and 60 Hz shall use the figures proviged both
in linles "Frequency 50 Hz" and "Frequency 60 Hz".

b Frequency measurement is made on the reference channel.

6.1.4 Measurement evaluation
No. Target of the test Test
A1.4.1 Reference channel It shall be checked that the frequency,measurement is made op the
reference channel.
6.1.5 Measurement aggregation

Aggregation is not required for power frequency.

6.2 Magnitude of supply voltage
6.2.1 Measurement method

Each tegt shall last at least 20 s.

No. Target of the test Test

A2.1.1 Check gapless and nen: A test shall be carried out according to the requirements of Anpex F.

overlapping measurement

NOTE [The following tests~are not listed here because they are covered by other tests: checking tnue RMS
measurgment (coverediby other tests), checking basic accuracy of 10/12-cycle measurement (covered py other
tests).

6.2.2 Measurement uncertainty and measuring range

6.2.2.1 Uncertainty under reference conditions

Each test shall last at least 1 s.

No. Target of the test Testing points Complementary test Test criterion (if
according to Table 3 conditions test is applicable)
A2.2.1 | Check measuring range P1 for voltage N.A. TC10/12(unc)
magnitude
A2.2.2 | Check measuring range P3 for voltage N.A. TC10/12(unc)
magnitude
A2.2.3 | Check measuring range P5 for voltage N.A. TC10/12(unc)
magnitude
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6.2.2.2 Variations due to single influence quantities
Each test shall last at least 1 s.
No. Target of the test Testing points Complementary test Test criterion (if
according Table 3 conditions according | test is applicable)
to Table 4

A2.3.1 Measure influence of P3 for voltage S1 for frequency N.A.
frequency on measurement magnitude
uncertainty (for further S3 for frequency N.A.
calculations as required in
Clause 8).

A2.3.2 | Measure influence of P3 for voltage S1 for harmonics TC10/12(unc) on
harmenies-enreasurement maghitade eht-eempeared to a
uncertainty (for further referencé\vpltage
calculations as required in
Clause 8).

6.2.3 Measurement evaluation
Not applicable.
6.2.4 Measurement aggregation
6.2.4.1 10/12 cycles with 10 min synchronisation
Each tept shall last at least 11 min, and shall contain“at least two consecutive RTG 10 min
ticks.
No. Target of the test Testing points Complementary test Test critéria (if
according to Table 3 conditions test is applicable)

A2.4.1 Check aggregation overlap 1 | P3 for voltage f=59,99 Hz (covering Test the time tag,

magnitude 60 Hz) or f= 49,99 Hz and the sequence

(covering 50 Hz) number of Hlocks

L ) for proper re-

Test duration = 11 min synchronizgtion to
the 10 min fick as
specified in
IEC 61000-4-30.

10 min t|ck should occur during’the 10/12-cycle time interval number 3 000.

NOTE 59,99 Hz = (2 999,57 600) x 12; 49,99 Hz = (2 999,4 / 600) x 10

6.2.4.2 150/180-cycle- aggregation with 10 min synchronisation
Each testshattrfastat teast T min, and shalit contain at teast two consecutive RTC 10 min

ticks.
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No. Target of the test Testing points Complementary test Test criterion (if
according to Table 3 conditions test is applicable)
A2.51 Check aggregation overlap 2 | Loop (see graph f=50,125 Hz Test the
below): (covering 50 Hz) aggregation of
. and/or 60,15 Hz 10/12-cycle data
- voltage changing (covering 60 Hz) into 150/180-cycle
linearly from P1to | yepending on interval relative to
P3 for 1 min in manufacturer the 10 min tick as
duration, then selection. specified in
— linearly from P3 to IEC 61000-4-30.
P1 for 1 min in
duration.
u()
P3
P1
1 min 2 min 3'min
NOTE 1 The time on the “w-axis is not
necessarily synchronised on.the 10 min tick
10 min t|ck should occur in the middle of the 150/180-cycle time.interval number 201.
NOTE 2| 50,125 Hz = (200,5 / 600) x 150; 60,15 Hz = (200,5'600) x 180
6.2.4.3 10 min aggregation
Each tept shall last at least 11 min,*and shall contain at least two consecutive RTQ 10 min

ticks.



https://iecnorm.com/api/?name=a98f3c221ce0f038ffbe19a59a7b3e28

IEC 62586-2:2017 © |IEC 2017

— 27 —

No. Target of the test Testing points Complementary test Test criterion
according to Table 3 | conditions according
to Table 4
A2.6.1 | Check 10 min aggregation Loop (see graph S2 for frequency Test the
below): aggregation of
. 10/12-cycle data
- voltage changing into 10 min interval
linearly from P1 to relative to the
P3 for 1 min in 10 min tick as
duration, then specified in
— linearly from P3 to IEC 61000-4-30.
P1 for 1 min in
duration.
U (\)
P3
P1
1 min 2 min 3 min
NOTE The time on x-axis is\not necessarily
synchronised on the 10 min tick
6.2.4.4 2-h aggregation
When applicable, the test shall be carried out\according to the table below:
No. Target of the test Testing points Complementary test Test criterion (if
according to Table 3 conditions test is applicable)
A2.7.1 | Check 2-h aggregation It'shall be checked that the 2-h aggregated value is provided by the
equipment under test.
6.3 Flicker

Test shall be performed according to IEC 61000-4-15 testing requirements.

6.4
6.4.1

S

upply-voltage interruptions, dips and swells

General

NOTE Further guidance for testing is provided in Annex D and Annex E.
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No. Target of the test Testing points Complementary test Test criteria (if
according to Table 3 conditions test is applicable)
A4.1.1 Check U, ¢ v, are P4 for frequency @ for This test does not — Check, for each
independen(tly synchronized atleast 15s 9. require a synchronized channel, that the
on each channel on zero generator. sequence of
crossin Voltage step should U in th
9. ini % U rms(%) in the
be ma}de on zero —At T1, m;ect 0% din instrurment
crossing. interruption of complies to the
?o“”rgt'gg ﬁ Cgcgt’gp at sequence defined
wed by in Figure 4.
90 % U, and of 2 9
cycles, then a steady | — Check time tag of
state at 94 % Uy, on Urms(%4) (N+1)on
channel 1 channel 1: T1 +
At TA——40eyetes— % cycle.
1/3 cycle, apply the — Check’thgt time
same profile on tag-ofu, | (%)
channel 2. (My31) or
~ AtT1 + 20cycles—1/3 | (hannel2fis
T1+ 10,5
cycle, apply the cveles + 1 cvcle
same profile on y oy
channel 3. — Check that time
See Figure 1 and tag of U v,
Figure 2. (N +1) on
channel 3 is
T1 + 20,5/ cycles
+ %2 cycle]
A4.1.2 | Check amplitude and P5 for swells. P This‘test does not Check that gll
duration accuracy a reguire a synchronized | durations and
requirement ¢ P4 for frequency generator. amplitudes feported
P3 for dips/Int. ° i on the
or cipsin The change of signal dips/swells/jnterrup
P4 for frequency @ amplitude to create tion measurements
dl.ps/sweflls/mterruptlgn comply with| 5.4.5.1
vy|ll be simultaneous in (amplitude
time. accuracy
Test shall be achieved | requirement) of
with the following IEQ 61000-¢-
durations: 1; 1,5; 2,5; | 30:2015 and
10; 30 and 150 cycles. | 9-4-5-2 (durption
accuracy
See Figure 5, Figure 6, | requirement).
Figure 7 and Figure 8
The expect¢d
duration redults are
Injected durfation +
1 cycle, seq Figure
5 and Figurg 6
where the expected
duration is § cycles
+ 1 cycle.
The expect¢d
amplitude r¢sults
are injected testing
point Px amplitude
+0,2% Uy, (Px
being P5 or P3).
A4.1.3 | Check threshold P2 for swells ? ¢ This test does not Check the duration

P4 for frequency 2@

P1 for swells ¢

P4 for frequency @

P2 for dips/Int. P ¢

P4 for frequency @

P1 for dips/int. ¢
P4 for frequency 2@

require a synchronized
generator.

The change of signal
amplitude to create
dips/swells/interruption
s will be simultaneous
in time.

Test shall be carried
out with the following
duration: 2,5 cycles.

accuracy complies
with IEC 61000-4-
30:2015, 5.4.5.2.

The expected
duration result is
2,5 cycles + 1
cycle.
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No. Target of the test Testing points Complementary test Test criteria (if
according to Table 3 conditions test is applicable)
A4.1.4 | Check influence of mains P1 for frequency @ This test does not Check the duration
frequency. C b require synchronized accuracy complies
P3 for dips/int. generator. with 5.4.5.2 of
IEC 61000-4-
P3 for frequency ® The change of signal 30:2015
P3 for dips/int. ° amplitude to create
or cipsin dips/swells/interruption | The expected
will be simultaneous in | duration result is
time. respectively 2 and
+
Test shall be achieved 30 cycles + 1 cycle.
with the following
durations: 2 and 30
nyn!no_
A4.1.5 | Check dips / interruptions / A test shall be achieved according to the requirements of 6.4:2|and
swells in a polyphase 6.4.3.
system
A4.1.6 | Check sliding voltage 1) Configuration: See Figure 9 No dip shoyld be
reference — steady-state select sliding detected.
operation © reference voltage, dip
threshold set to
90 % Uy, hysteresis =
2% Uy,
2) Inject steady state
voltage at Uy, for at
least 5 min. Then
decrease voltage
amplitude by to 95 %
Uy, for 5 min. Then
87 % Uy, for 5 min,
3) Inject dip of 5 Verify that
cycles duration‘at instrument s
50 % Ugip- detecting a (dip at
57,5 % of Y-
NOTE 57.,% % =
50/87 x 10Q %
A4.1.7 | Check sliding voltage 1) Configuration: See Figure 10 The instrument

reference — Sliding
reference start up
condition ©

Select sliding
reference voltage, dip
threshold set to 90 %
Ugin: hysteresis = 2 %
din”
2) Turn on the
instrument with OV
injected at the voltage
inputs.

3) After 5 min +
instrument boot up
time, inject voltage =

shall detect|an
interruption|start.

Verify that the
instrument has
detected an| end of

Udin

NOTE 2 The
purpose is to check
that the sliding

reference voltage is
built from an initial
value of Ugin» Dot
refreshed until the
voltage is applied.

interruption.
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Instruments intended to work at 50 Hz shall use the figures provided in line "Frequency 50 Hz" in Table 3.
Instruments intended to work at 60 Hz shall use the figures provided in line "Frequency 60 Hz" in Table 3.
Instruments intended to work both at 50 Hz and 60 Hz shall use the figures provided both in the line
"Frequency 50 Hz" and in the line "Frequency 60 Hz".

Test points P1, P2, P3, P4 and P5 as described in Table 3.
Test point P1 shall not be identified as a dip/swell, and testing point P2 shall be identified as a dip/swell.
Recommended value for threshold dip is 90 % U,

The use of sliding reference voltage is optional. This test is applicable only if the manufacturer implements
sliding reference voltage.

for swell threshold, 110 % Uy, hysteresis = 2 %.

in’
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Figure.1 — Overview of test for dips according to test A4.1.1
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Figure 2 — Detail 1 of waveform for test of dips according to test A4.1.1
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Figure 3 — Detail 2 of waveform for tests of dips according to A4.1.1
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Figure 4 — Detail

Volts

3 of waveform for tests of dips according to test A4.1.1

Test signal: dip 60 %. 2.5 cycles

Urms(‘/z) Urms(‘/z) Urms(‘/z) Urms(‘/z) Urms(‘/z) Urms(‘/z) Urms(‘/z) Urms(‘/z)
N + + N+3 N+ 4 N+5 + N+7
100 % 70,7 % 0% 0 % 0 % 63,6 % 90 % 90 %
U U U U U U U U
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Figure 5 — Detail 1 of waveform for test of dips according to test A4.1.2
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Figure 6 — Detail 2 of waveform for tests of dips{according to test A4.1.2
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Figure 7 — Detail 1 of waveform for test of swells according to test A4.1.2
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8 — Detail 2 of waveform for tests of swells according to test A4.1.2
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UV
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Figure 10 — Sliding reference start up condition

Fime

IEQ

6.4.2 Check dips / interruptions in polyphase system
No. Target of the test Testing points Complementary’test Test criteria (iff test is
according to Table 3 conditions applicable)
A4.2.1 Check that dips and P4 for frequency for at This testidoes not require|— For each channel,

interruptions are properly
detected in a polyphase
system, by applying a
single test with a 3-phase
non-synchronous
disturbance that contains
both a dip and an
interruption.

least 15 s.

Dip threshold = 90 %
Ugin, hysteresis =2 %
Udin

Interruption threshold{=
10 % Uy;,, hysteresis
=2 % Ugp,

Voltage steps-should be
made onyzéro crossing
for each phase.

a synchronized
gengrator.

—\Begin the test with all
three phases set to

UdinA

— At t1 (synchronized to
zero crossing on phase
1), inject 0 % Uy, on
phase 1.

in

— At t1 + 1cycle
(synchronized to zero
crossing on phase 2),
inject 0 % Uy, on
phase 2.

in

— At t2 (synchronized to
zero crossing on phase
3), inject 0 % Uy, on
phase 3.

— At t3 (synchronized to
zero crossing on phase
3), inject 100 % Uy, on
phase 3.

in

check that the|
sequence of {
the instrumen
complies to thp
sequence defiped in
Figure 13.

— Check that thq
polyphase dip|duration
is correctly reported as
6,5 cycles (within the
timing accuragy
defined in IEC|{ 61000-
4-30).

— Check that thd
polyphase intgrruption
duration is coffrectly
reported as 1,p cycles
(within the timjng
accuracy defirjed in
IEC 61000-4-30).

— Check that thd
remaining voltage for
the dip measufement is
correctly repofted as

rms(%2) In

— AT T3 + Tcycle
(synchronized to zero
crossing on phase 2),
inject 100 % Uy;,, on
phase 2.

— At t4 (synchronized to
zero crossing on phase
1), inject 100 % Uy, on
phase 1.

See Figure 11, Figure 12
and Figure 13.

0% Uy, (within the
magnitude accuracy
defined in IEC 61000-
4-30).
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Figure 11 — Detail 1 of waveform for test of polyphase dips/interruptions
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Figure 12 — Detail 2 of waveform for test of polyphase dips/interruptions
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Urms () Urms () Urms () Urms () Urms () Urms () Urms () Urms ()
N + N+ 2 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7
(start of (start of
dip) interrupt.)
Phase 1 100 % 70,7 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Phase 2 100 % 100 % 100 % 70,7 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Phase 3 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 70,7 % 0 % 0 %
B (O e T O i O s D i B e B
(nnd of (nnd of
interrupt.) dip)
Phase 1 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 70,7 % 100 % 100 %
Phase 2 0 % 0 % 0 % 70,7 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Phase 3 0 % 70,7 % 100 % 100 % 100 % 100 % 1700 % 100 %
IEC

Figure 13 — Detail 3 of waveform for test of polyphase dips/interruptions

6.4.3 Check swells in polyphase system
No. Target of the test Testing points Complementary test Test criteria (if test is
according to Table 3 conditions applicable)
Check that swells are P4 for frequency for at This/test does not — For each chapnel,

A4.3.1

properly detected in a
polyphase system by
applying a single test
with a 3-phase non-
synchronous swell
injection.

least 15 s.

Swell threshold =
110 % Uy, hysteresis

=2% Uy,

Voltage steps shall be
made on zerQ'crossing
for each phase.

feguire a synchronized
generator.

— Begin the test with
all three phases set

to Ugn,

— At t1 (synchronized
to zero crossing on
phase 1), inject
130 % Uy;,, on
phase 1.

— Att1+ 1cycle
(synchronized to
zero crossing on
phase 2), inject
130 % Uy, on
phase 2.

— At t1 + 2cycles
(synchronized to
zero crossing on
phase 3), inject
150 % Uy, on

check that th
sequence of Urms(‘/z)
in the instrunent
complies with the
sequence defined in
Figure 15.

— Check that th
polyphase swell
duration is cqrrectly
reported as 6,5
cycles (withir| the
timing accurgcy
defined in
IEC 61000-4430).

— Check that tHe
polyphase swell
amplitude is gorrectly
reported as 150 %
Uy, (within the
magnitude adcuracy
defined in
IEC 61000-4430).

1%

[¢)

pnidse oS.

— At t1 + 4cycles
(synchronized to
zero crossings on
phase 1 and phase
3), inject 100 %
Uyin, ON both phase
1 and phase 3.

— At t3 (synchronized
to zero crossing on
phase 2), inject
100 % Uy;,, on
phase 2.

See Figure 14 and
Figure 15 .
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]
' l
Swell ; — — !
amplitude ! |
]
) :
' 1
' |
I \
! : Swell threshold
) )
! 1
Phase 2 i ‘
Phase 1 . —
Phase3 ' :
< >| DPOLYSWL = t3-t1
) 1
Swell sfarts—— i
ot
: t3
IEC
Figure 14 — Detail 1 of waveform for test of polyphase swells
Urm]sv(1/2) Urms(1/2) Urms(1/2) Urms(1/2) Urms(1/2) Urms(1/2) Urms(1/2) ]rms(1/2)
N+ 1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7
(start of
swell)
Phase 1 100 % 116 % 130 % 130 % 130 % 130 % 130 % 130 %
Phase 2 100 % 100 % 100 % 116 % 130 % 130 % 130 % 130 %
Phase 3 100 % 100 % 100 % 100%% 100 % 127,5 % 150 % 150 %
Urms(1/2) Urms(112) Urms(112) Urms(112) Urms(112) Urms(112) Urms(112) Urms(1/2)
N+8 N+9 N +40Q N+ 11 N+12 N+13 N+ 14 IN + 15
(end of
swell)
Phase 1 130 % 116 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Phase 2 130 % 130-% 130 % 130 % 130 % 116 % 100 % 100 %
Phase 3 150 % 127,5 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
IEC
Figure 15 — Detail 2 of waveform for test of polyphase swells
6.5 Supply voltage unbalance

6.5.1

—Generat

Use a 3-channel AC power source that meets or exceeds the following stability ratings under

the reference conditions: voltage + 0,05 %.

NOTE Reference conditions for PQI are defined in IEC 62586-1.
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6.5.2 Measurement method, measurement uncertainty and measuring range
No. Target of the test Testing conditions Complementary test Test criterion (if test
conditions is applicable)
A5.1.1 Check accuracy of Connect a 3-channel N.A. Check if uy and u, is
unbalance AC power source and between 0 % and
measurement adjust 0,15 %
Channel 1 (L1 to N) to
100 % of Udin
Channel 2 (L2 to N) to
100 % of Udin
Channel 3 (L3 to N) to
100 % of Udin
A5.1.2 | Check accuracy of Connect the 3-channel N.A. Check if uy and|u, is
unbalance AC power source and between 4,9.% jand
measurement adjust 5,2 %
Channel 1 (L1 to N) to
73 % of Udin
Channel 2 (L2 to N) to
80 % of Udin
Channel 3 (L3 to N) to
87 % of Udin
A5.1.3 | Check accuracy of Connect the 3-channel N.A. Check if uy and|u, is
unbalance AC power source and between 4,8 % Jand
measurement adjust 5,1 %
Channel 1 (L1 to N) to
152 % of Udin
Channel 2 (L2 to N) to
140 % of Udin
Channel 3 (L3 to,N) to
128 % of Udin
A5.1.4 | Check accuracy of Connect a_3-channel N.A. Check if u, = 247 % +
unbalance AC powersource and 0,15 %
measurement with adjust
phase displacement and u, = 4,52 % +
with a 4-wire system. ghennel 1 (L1 to N) to 0,15 %
100 % of Ugip , 0
Channel 2 (L2 to N) to
90 % of Ugjn , —122°
Channel 3 (L3 to N) to
100 % of Ugjp , +118°
6.5.3 Aggregation
It shall be-verified—that-the—aggregated-values—are—provided-by-the-equipment-undertest. An
accuracy test of the aggregated values is not required

6.6
6.6.1

Voltage harmonics

Measurement method

Each test shall last at least 10 s.
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conditions plus 10 %
of Ugin at 501,0 x the
fundamental

No. Target of the test Testing points Complementary test Test criterion (if
according to Table 3 conditions test is applicable)
A6.1.1 Check that the 10/12-cycle A test shall be carried out according to the requirements of Annex F
measurement intervals are
gapless and non-
overlapping
A6.1.2 | Check that the 10/12-cycle Apply reference N.A. TC10/12(unc)-harm
measurements use the conditions, plus P1 for for the 2nd
harmonic subgroup harmonics (verify basic harmonic (2"
measurement (ng_") from subgroup harmonic is
IEC 61000-4-7 measurement) present at 5 %)
Apply reference N.A. TC10/12(unc)-harm
conditions, plus P1 for for the 2nd
;IItUIhGIIIIUII;\JD) hGIIIIUII;\J (I O
significant ¢ontent
detected)
Apply reference N.A. TC10/12(unjc)-harm
conditions, plus S4 for far,the 2nd
interharmonics harmonic (2"
harmonic is
present at 4 %)
A6.1.3 | Check that measurements N.A. N.A. Verify that @t least
are made at least up to the 50 harmonigs are
50t order provided by the
device
A6.1.4 | If total harmonic distortion is | Apply reference N.AC TC150/180{unc)-
calculated, check that it is conditions plus P5 for thd (signifidqant
the subgroup total harmonic | harmonics distortion dptected)
distortion (THDS) from
IEC 61000-4-7 Apply reference N.A. TC150/180{unc)-
conditions plus P5 for thd (no signpificant
interharmonics distortion dptected)
A6.1.5 | Check that a crest factor of Apply reference N.A. TC150/180{unc)-
at least 2 is supported by conditions-plus S1 for harm for allf 50
the device harmonigcs-(crest harmonics
factor of'2)
A6.1.6 | Check that a properly Apply reference N.A. TC150/180{unc)-
designed anti-aliasing filter conditions plus 10 % harm for all| 50
is used on the device, of Ui at 75,0 x the harmonics {no
providing (in combination fundamental aliasing defected)
with oversampling) an frequency 2@
attenuation exceeding:50 dB
for any frequency_producing Apply _reference N.A. TC150/180{unc)-
an alias below of_up to the conditions plus 10 % harm for all| 50
50t harmonic' of Ugin at 150,0 x the harmonics {no
fundamental aliasing defected)
frequency 2@
Apply reference N.A. TC150/180{unc)-

harm for allf 50
harmonics {no
aliasing defected)

frequency 2@

2 Only three mandatory anti-aliasing test points are defined here to simplify the minimum testing requirement.
However, depending on the sampling rate and filter characteristics of the device under test, other spectral
content may be required to properly evaluate the operation of an anti-aliasing filter. The test lab applying this
procedure may additionally choose to apply a set of broad spectrum signals as a more exhaustive test of the
anti-aliasing filter, using a network analyser or other similar equipment.

6.6.2
6.6.2.1

Uncertainty under reference conditions

Each test shall last at least 10 s.

Measurement uncertainty and measuring range
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No. Target of the test Testing points Complementary test Test criterion (if
according to Table 3 conditions test is applicable)

A6.2.1 Check measuring Reference conditions N.A. TC150/180(unc)-
uncertainty — single even plus P1 for harmonics harm for applicable
harmonic harmonics

A6.2.2 | Check measuring Reference conditions N.A. TC150/180(unc)-
uncertainty — single odd plus P2 for harmonics harm for applicable
harmonic harmonics

A6.2.3 | Check measuring Reference conditions N.A. TC150/180(unc)-
uncertainty — single high plus P3 for harmonics harm for applicable
harmonic harmonics

A6.2.4 | Check measuring range — Reference conditions N.A. TC150/180(unc)-
low end plus P4 for harmaonics harm for applicable

harmonigs

A6.2.5 | Check measuring range — Reference conditions N.A. TC150/180(func)-
high end plus P5 for harmonics harm for applicable

harmonics

NOTE [The 150/180-cycle values are selected for these tests for ease of data extractiom).as it will be n¢cessary

to extragt measurement data for all 50 harmonics, and this is easier to do in a 3-s windowthan a shorter{one.

6.6.2.2 Variations due to single influence quantities
Each test shall last at least 10 s.
No. Target of the test Testing points Complementary test Test criterion (if
according to Table 3\ conditions according | test is appjicable)
to Table 4

A6.3.1 Check influence of Reference conditions S1 for frequency TC150/180(junc)-
frequency on measurement plus P1 for harmonics | (lowest frequency) harm for all{50
uncertainty (lowest harmonic harmonics

order)

Refefence conditions S3 for frequency TC150/180(func)-
plus-P3 for harmonics | (highest frequency) harm for all|50
(highest harmonic harmonics
order)

A6.3.2 | Check influence of voltage Reference conditions S1 for voltage TC150/180(func)-
magnitude on measurement plus P2 for harmonics | magnitude (lowest harm for all|50
uncertainty bound) harmonics

Reference conditions S3 for voltage TC150/180(unc)-
plus P2 for harmonics | magnitude (highest harm for all|50
voltage) harmonics

NOTE [The 150/180-cycle values are selected for these tests for ease of data extraction, as it will be n¢cessary

to extragt measurement data for all 50 harmonics, and this is easier to do in a 3-s window than a shorterfone.

6.6.3 Measurement evaluation

Not applicable.

6.6.4 Measurement aggregation

6.6.4.1 10/12 cycles with 10 min synchronization

Each test shall last at least 11 min, and shall contain at least two consecutive RTC 10 min
ticks.
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No. Target of the test Testing points Complementary test Test criterion (if
according to Table 3 conditions test is applicable)
A6.4.1 Check aggregation overlap Reference conditions f=49,99 Hz or Test the time tag,
. plus P2 for harmonics. | 59,99 Hz and the sequence
) ) number of blocks
Test duration =11 min | ¢, the 3'd
harmonic.

10 min tick should occur during the 10/12-cycle time interval number 3 000.

NOTE 59,99 Hz = (2 999,5/600) x 12; 49,99 Hz = (2 999,4 / 600) x 10

6.6.4.2 —1501180-eyele-aggregation-with-40-min-synchronization————————
Each tept shall last at least 11 min, and shall contain at least two consecutive~RTC| 10 min
ticks.
No. Target of the test Testing points Complementary test Test critefrion (if
according to Table 3 conditions test is appficable)
A6.5.1 | Check aggregation overlap 2 | Maintain reference f=50,125 Hz TC150/180(|unc)-
conditions (including a | (covering 50 Hz) or harm for thg 3"
constant fundamental 60,15 Hz (eovering harmonic, with
component), and add 60 Hz) depending on correct aggfegation
varying harmonic manufaeturer selection | of the 10/14-cycle
content as described: values for efach of
the two oveflapping
— start at _P2.for 150/180-Cy le
harmonics; aggregation
— ramp the harmonig intervals
content down by
1 %/s until it
reaches 0 %;
— ramp.the harmonic
contentup by 1 %/s
until it reaches P2;
~[repeat.
10 min t|ck should occur in the middle of'the 150/180 cycle time interval number 201.
NOTE p0,125 Hz = (200,5 / 600)x 150; 60,15 Hz = (200,5 / 600) x 180
6.6.4.3 10 min-aggregation
Each tept shalklast at least 11 min, and shall contain at least two consecutive RTQ 10 min
ticks.
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No. Target of the test Testing points Complementary test Test criterion (if
according to Table 3 conditions test is applicable)
A6.6.1 Check 10 min aggregation Maintain reference f=49,99 Hz or TC10 min(unc)-
conditions (including a | 59,99 Hz harm for the third
constant fundamental L ) harmonic, with
component), and add | 'estduration =11 min | ;500 aggregation
varying harmonic of the 10/12-cycle
content as described: values based on
the block sequence
— start at ‘P2 for numbers
harmonics;
— ramp the harmonic
content down by
1 %/s until it
rncnhne al Ov;
— ramp the harmonic
content up by 1 %/s
until it reaches P2;
— repeat.
10 min t|ck should occur during the 10/12-cycle time interval number 3 000.
NOTE §9,99 Hz = (2 999,5/ 600) x 12; 49,99 Hz = (2 999,4 / 600) x 10
6.6.4.4 2-h aggregation
When applicable, the test shall be carried out according)to’the below table:
No. Target of the test Testing points Complementary Test criterjon (if
according to Table 3 test conditions test is appljcable)
A6.7.1 | Check 2-h aggregation It shall be checked that the 2-h aggregated value is provided by the
equipment.dnder test.
6.7 Vpltage interharmonics
6.7.1 Measurement method
Each tegt shall last at least. 10 s.
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No. Target of the test Testing points Complementary test Test criterion (if
according to Table 3 conditions test is applicable)

A7.1.1 Check that the 10/12-cycle A test shall be achieved according to the requirements of Annex F
measurement intervals are
gapless and non-
overlapping

A7.1.2 | Check that the 10/12-cycle Apply reference N.A. TC10/12(unc)-
measurements use the conditions, plus P1 for interharm for the
interharmonics subgroup harmonics two interharmonics
measurement (Ul.sg_h) from surrounding the 2"
IEC 61000-4-7 harmonic (no

significant content
on either
interharmonics)
Apply reference N.A. TC10/12(unlc)-
conditions, plus P1 for interharm fqr the
interharmonics interharmornjic
between the
fupdamenta|l and
the 2" harmonic
(interharmopic is
present)

A7.1.3 | Check that measurements N.A. N.A. Verify that at least
are made at least up to the 50 interharmonics
50t order are provided by the

device
6.7.2 Measurement uncertainty and measuring.range
6.7.2.1 Uncertainty under reference conditions
Each test shall last at least 10 s.
No. Target of the test Testing-points Complementary test Test criterion|(if test
according to Table 3 conditions is applicable)

A7.2.1 Check measuring Reference conditions N.A. TC150/180(und])-
uncertainty — no interharm for al] 50
interharmonics interharmonics

A7.2.2 | Check measuring P1 for interharmonics N.A. TC150/180(unc])-
uncertainty — single-tow interharm for al] 50
order interharmonic interharmonics

A7.2.3 | Check measuring P2 for interharmonics N.A. TC150/180(unc])-
uncertaintys'single interharm for alj 50
mediumorder interharmonics
interharmenic

A7.2.4 | Check measuring P3 for interharmonics N.A. TC150/180(und])-
Jricertainty — single interharm for al] 50
high-erder tterharmenies
interharmonic

A7.2.5 | Check measuring P4 for interharmonics N.A. TC150/180(unc)-
range — low end interharm for all 50

interharmonics

A7.2.6 | Check measuring P5 for interharmonics N.A. TC150/180(unc)-
range — high end interharm for all 50

interharmonics

The 150/180-cycle values are selected for these tests for ease of data extraction, as it will be necessary to
extract measurement data for all 50 interharmonics, and this is easier to do in a 3-s window than a shorter one.

6.7.2.2 Variations due to single influence quantities

Each test shall last at least 10 s.
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No. Target of the test Testing points Complementary test Test criterion
according to Table 3 conditions according
to Table 4
A7.3.1 | Check influence of P1 for interharmonics S1 for frequency TC150/180(unc)-
frequency on (lowest interharmonic (lowest frequency) interharm for all 50
measurement order interharmonics
uncertainty - -
P3 for interharmonics S3 for frequency TC150/180(unc)-
(highest interharmonic (highest frequency) interharm for all 50
order) interharmonics
A7.3.2 | Check influence of P2 for interharmonics S1 for voltage TC150/180(unc)-
voltage magnitude on magnitude (lowest interharm for all 50
measurement bound) interharmonics
uncertainty . .
P2 for interharmaonics S3 for voltage TC150/180(unc)-
magnitude (highest interharm for\all 50
bound) interharmonics
The 150/180-cycle values are selected for these tests for ease of data extraction, as it will.'be necefssary to
extract measurement data for all 50 interharmonics, and this is easier to do in a 3-s window than*a shortgr one.
6.7.3 Measurement evaluation
Not applicable.
6.7.4 Measurement aggregation
6.7.4.1 10/12 cycles with 10 min synchronization
Each tept shall last at least 11 min, and shall contain at least two consecutive RTQ 10 min
ticks.
No. Target of the test Testing points Complementary test Test criterion|(if test
according_ to\Table 3 conditions is applicable)
A7.4.1 | Check aggregation P2 for interharmonics f=49,99 Hz or Test the time tdg, and
overlap 1 59,99 Hz the sequence number
. . of blocks for the¢
Test duration = 11 min | i terharmonic 4t 7,5 x
the fundamentd|
frequency.
10 min t|ck should occur during/the 10/12-cycle time interval number 3 000.
NOTE p9,99 Hz = (2.099,5/600) x 12; 49,99 Hz = (2 999,4 / 600) x 10
6.7.4.2 150/180-cycle aggregation with 10 min synchronization
Each teststatttastatteast—tt+im—and—shatcontaimatteasttwoconsecutive RTE€ 10 min

ticks.
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No. Target of the test Testing points Complementary test Test criterion (if test
according to Table 3 conditions is applicable)
A7.5.1 Check aggregation Maintain reference f=50,125 Hz (covering | TC150/180(unc)-
overlap 2 conditions (including a 50 Hz) or 60,15 Hz interharm for the
constant fundamental (covering 60 Hz) interharmonic at 7,5 x
component), and add depending on the fundamental
varying interharmonic manufacturer selection | frequency, with correct
content as described: aggregation of the
10/12-cycle values for
— start at P2 for each of the two
interharmonics overlapping 150/180-
— ramp the cycle aggregation
interharmonic intervals
content down by
4+ Yots—unti-itreaches
0%
— ramp the
interharmonic
content up by 1 %/s
until it reaches P2
— repeat
10 min t|ck should occur in the middle of the 150/180-cycle time interval number 204.
NOTE p0,125 Hz = (200,5 / 600) x 150; 60,15 Hz = (200,5 / 600) x 180
6.7.4.3 10 min aggregation
Each tept shall last at least 11 min, and shall coptain at least two consecutive RTQ 10 min
ticks.
No. Target of the test Testing points Complementary test Test criteria (if test is
according to(Fable 3 conditions applicable)
A7.6.1 Check 10 min Maintain reference f=49,99 or 59,99 Hz TC10 min(unc)-

aggregation

conditions-(including a
constaht fundamental
component), and add
Varying interharmonic
content as described:

— start at P2 for
interharmonics;

— ramp the
interharmonic
content down by
1 %/s until it reaches
0 %;

— ramp the
interharmonic

Test duration = 11 min

interharm for thie
interharmonic gt 7,5 x
the fundamentdl
frequency, with|correct
aggregation of

TC150/180(unc])
interharm for alj 50
interharmonics [he

10/12-cycle valpes
based on the block
sequence numhers

content up by 1 %/s
until it reaches P2;

— repeat.

10 min tick should occur during the 10/12-cycle time interval number 3 000.

NOTE 59,99 Hz = (2 999,5/600) x 12; 49,99 Hz = (2 999,4 / 600) x 10

6.7.4.4

2-h aggregation

When applicable, the test shall be carried out according to the table below:
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No. Target of the test Testing points Complementary test Test criterion (if
according to Table 3 conditions test is applicable)
A7.71 Check 2-h aggregation It shall be checked that the 2-h aggregated value is provided by the
equipment under test.
6.8 Mains signalling voltages on the supply voltage
6.8.1 Measurement method
No. Target of the test Testing points Complementary test Test criterion (if test
according to Table 3 conditions is applicable)
A8.1.1 \/nrify that the user can NLA N_A Product allows-the user
specify the carrier to configure/mdnitored
frequency to monitor, carrier frequengies up
up to 3 kHz to 3 kHz
A8.1.2 | Verify that the user can | N.A. N.A. Product allows the user
specify the detection to,configure detection
threshold (above 0,3 % threshold and
Uygin) and length of recording periofl as
recording period (up to specified
120s)
A8.1.3 | If method 12 is Configure the product N.A. N.A.
implemented, verify to monitor a carrier
proper implementation frequency of 1060 Hz.
Apply the following test
points for mains
signalling, each of
which apply two
interharmonic
frequencies
simultaneously on the
same signal under.
reference conditions.
1060 Hz bin only N.A. TC10/12(unc), Wwhere
(should ‘eount toward the expected value is
MsV): the RMS voltage for
the component [at
P3rat 1060 Hz 1060 Hz onIy
Two adjacent bins N.A. TC10/12(unc), Wwhere
(should not count the expected value is
toward MsV): the RMS voltage for
the component [at
P3 at 1055 Hz, and 1060 Hz OI"I|y
P3 at 1065 Hz
A8.1.4 | If method-2° is Configure the product N.A. N.A.

impftemented, verify
prfoper implementation

to monitor a carrier
frequency of
316,67 Hz.

Apply the following test
points for mains
signalling, each of
which apply two
interharmonic
frequencies
simultaneously on the
same signal under
reference conditions.
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No. Target of the test Testing points Complementary test Test criterion (if test
according to Table 3 conditions is applicable)
Middle two bins (should | N.A. TC10/12(unc), where
both count toward the expected value is
MsV): the root of the sum of
squares for the four
P3 at 315 Hz and bins closest to the
P3 at 320 Hz monitored frequency
only:
310 Hz
315 Hz
320 Hz
325 HZ
Outer two bins (should N.A. TC10/12(unc), Where
both count toward the expected value is
MsV): the root lof the gum of
squares for the|four
P3 at 310 Hz and bins closest to the
P3 at 325 Hz fmonitored freqyency
only:
310 Hz
315 Hz
320 Hz
325 Hz
Two bins adjacent to N.A. TC10/12(unc), Where
the calculation range the expected value is
(should not count the root of the gum of
toward MsV): squares for the|four
bins closest to the
P3 at 305 Hz and monitored freqyency
P3 at 330 Hz only:
310 Hz
315 Hz
320 Hz
325 Hz
A8.1.5 | If method 12 and Same tests as test no. N.A. Product passeq both
method 2° are both A8.1.3 and A8.1.4, but test no. A8.1.3 gnd
implemented, and-the applied sequentially A8.1.4 without manual
manufacturer claims to | without manual intervention.
dynamically select the intervention (other than
method based'on the specifying the carrier
user-spécified frequency)
frequeney (IEC 61000-
4-30 calls this the
“preferred" approach),
verify that the product
uses the appropriate
method
A8.1.6 | Verify that the product Configure the product N.A. N.A.
indicates when a signal | to use a detection
exceeds the detection threshold of 0,5 %, and
threshold to monitor a carrier
frequency of
316,67 Hz, then apply
the two tests below.
a) Apply P1 for mains N.A. The product does not
signalling (carrier indicate that the signal
frequency of has exceeded the
316,67 Hz). detection threshold
b) Apply P2 for mains N.A. The product does

signalling (carrier
frequency of
316,67 Hz).

indicate that the signal
has exceeded the
detection threshold
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No. Target of the test Testing points Complementary test Test criterion (if test
according to Table 3 conditions is applicable)
A8.1.7 | Verify that the product Configure the product N.A. The maximum level of

can record the 10/12-
cycle signal voltage
values during the
recording period
following the detection,
to give the maximum
level of the signal
voltage during this
time.

to use a recording
period of 120 s, and
then apply the same
test as 8.1.6 b).

the signal voltage
during the 120 s
recording period can
be determined from the
recorded 10/12-cycle
values.

a8  "Method 1" refers to the method based on "the corresponding 10/12-cycle RMS value interharmonic bin".

b "Methed—2'refers—to—the—ethod—based—onthe—foot-oithe—sum—oi-the—seauares—ei-the—4—nearest0{12-cycle
RMS |value interharmonic bins".
6.8.2 Measurement uncertainty and measuring range
6.8.2.1 Uncertainty under reference conditions
Each test shall last at least 1 s.
No. Target of the test Testing points Complementary test Test criterion (if test
according to Table 3 conditions is applicaple)

A8.2.1 Verify measurement P2 for mains signalling | N.A¢ TC10/12(unc) for the
uncertainty for a (carrier frequency of chosen methog
carrier frequency of 316,67 Hz)

316,67 Hz - - -

P3 for mains signalling™\[“N.A. TC10/12(unc) for the
(carrier frequency of chosen methog
316,67 Hz)

P4 for mains_signalling | N.A. TC10/12(unc) for the
(carrier frequency of chosen methog
316,67 Hz)

P5 for mains signalling | N.A. TC10/12(unc) for the
(carrier frequency of chosen methog
316,67 Hz)

A8.2.2 Verify measurement P2 for mains signalling | N.A. TC10/12(unc) for the
uncertainty for a (carrier frequency of chosen methog
carrier frequency of 1060 Hz)

1060 Hz . . .

P3 for mains signalling | N.A. TC10/12(unc) for the
(carrier frequency of chosen methog

1060 Hz)

P4 for mains signalling | N.A. TC10/12(unc) for the
(carrier frequency of chosen methog

1060 Hz)

P5fermeains o;ylla”;llg NAC TC1C/12<UIIU’ or the
(carrier frequency of chosen method

1060 Hz)

A8.2.3 Verify measurement P2 for mains signalling | N.A. TC10/12(unc) for the
uncertainty for a (carrier frequency of chosen method
carrier frequency of 2975 Hz)

2975 Hz . . .

P3 for mains signalling | N.A. TC10/12(unc) for the
(carrier frequency of chosen method
2975 Hz)

P4 for mains signalling | N.A. TC10/12(unc) for the
(carrier frequency of chosen method
2975 Hz)

P5 for mains signalling | N.A. TC10/12(unc) for the

(carrier frequency of
2975 Hz)

chosen method
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Variations due to single influence quantities

No. Target of the test Testing points Complementary test Test criterion (if test
according to Table 3 | conditions according is applicable)
to Table 4

A8.3.1 Check influence of P3 for mains signalling | S1 for frequency TC10/12(unc) for the
frequency on (carrier frequency of chosen method
measurement 2975 Hz)
uncertainty - - -

P3 for mains signalling | S3 for frequency TC10/12(unc) for the
(carrier frequency of chosen method
1060 Hz)

A8.3.2 Check influence of P3 for mains signalling | S1 for voltage TC10/12(une) for the
voltage magnitude on (carrier frequency of magnitude chosen méthoq
measurement 316,67 Hz)
uncertainty

P3 for mains signalling | S3 for voltage TC10/M12(unc) for the
(carrier frequency of magnitude chosen methoq
316,67 Hz)

A8.3.4 Check influence of P3 for mains signalling | S1 for harmonics TC10/12(unc) for the
harmonics on (carrier frequency of chosen methog
measurement 316,67 Hz)
uncertainty - - - -

P3 for mains signalling | S1 for harmonics TC10/12(unc) for the
(carrier frequency of chosen methoq
1060 Hz)
6.8.2.3 Measurement evaluation
Not applicable.
6.8.3 Aggregation
Not applicable.
6.9 Measurement of underdeviation and overdeviation parameters
6.9.1 Measurement method
Tests fgr the measurement method are specified in the table below for 10/12-cyclg values
only (aggregation is'specified in a later section).
IEC 61000-4-80:2015 describes in an informative annex the measurement method for
Urms-unders,37d Urms-over,; Pased on the 10/12-cycle RMS value Uys200ms,i» Where i denotes

the spelcifie” 10/12-cycle "interval. However, the underdeviation (U, .4.,) and overdeviation
(Uover) are only described within the aggregation section. The table below assumes that
Uinder @nd U,y may also be calculated for every 10/12-cycle interval, using the same
formula from the aggregation section to aggregate a single 10/12-cycle value.

For the 10/12-cycle interval, a device shall make available at least one of U,,4er and
Urms-under» @nd at least one of U, and U;ys.over- All the values that are made available shall
comply with the requirements stated below.

Each test shall last at least 1 s.
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No.

Target of the test

Testing points
according to Table 3

Complementary test
conditions

Test criterion (if
test is applicable)

A9.1.1

Steady-state test — check for
proper calculation of
Urms—under’ Y U

under’ ~rms-over
and U,

over when >

rms-200ms
din

P5 for magnitude of N.A.
supply voltage
(voltage is 150 % of

Udin )

For every 10/12-
cycle value:
U,

rms-under

U =0%

under

Udin

U

rms-over

U

rms-200ms

Uover = (Urms-over -

Ugin) ! Ugin, [approx
0 %]

A9.1.2

Standy, ctotn tact h k for
tea e y—State—teSt

Raoforan aditionc N_A
HOHRS ™

|

proper calculation of U,
Urms—over ?nd

rms-200ms ~ “din

Uunder'

under’
when

over

retrereRee—ECoha

(magnitude of supply
voltage is Uy, £ 1 %)

Forevery4/12-
cycle valle
Urms-under = Udin

rms=200ms’,
whichever i$ lower

Uunder = (Ucin

rms-under Udin

[approx 0 %
U

rms-over —

or

—~

]din or
rms-200ms’

whichever i$ higher
= (Urn' -

S-over
[approx

Uover
din din
0 %]

A9.1.3

Steady-state test — check for
proper calculation of U

under’ Uunder’

U when U

over

rms-
U and

rms-over

< U,

rms-200ms din

P1 for magnitude of N.A.
supply voltage
(voltage is 10 % of

Udin )

For every 1D/12-
cycle value
rms-under = Urms-

200ms | the
magnitude

supply voltdge)
U = (U}

under

-

QS

rms-under. din

[approx. 90|%]
=U

Urms-over din

U,or =0 %

over

A9.1.4

Non-steady-state test'=
check that all 10/12-eycle
values are calculated
without gaps

Vr.m.s
A

p5 [(150%)_ _
P3 |(100%) @ @ @ @
® @ ® @

Sequence df
expected vglues:

10/12-cycle|values
will repeat ip
groups of fdur
states:
1. U =0 %

under

2. Uy =0 %

T 7 T T
) 1 ) ]
L 1 1 1 N

»
20/24cycles 40/48cycles 60/72cycles 80/96cycle

3. U, =50 %

under
4. U =50 %

under

NOTE Those
values can deviate
depending on
10/12-cycle
synchronisation
accuracy.
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No. Target of the test Testing points Complementary test Test criterion (if
according to Table 3 conditions test is applicable)

A9.1.5 | Non-steady-state test — Sequence of
check that all 10/12-cycle Vr.m.s expected values:
values are calculated A

without gaps 10/12-cycle values

will repeat in
groups of four

p3 |(100% states:

@ @ @ @ 1'Uunder=0%
p1 | Q0%) _ _ 4[_ =0%
E@ @ i E@ @ E - 2. Uunder 0 %

»
20/24cycles 40/48cycles 60/72cycles 80/96cycles

3. U,

under

=90 %
=90 %

LL
under

NOTE Thc]se

values'can fleviate
depending ¢n
10/12-cycle
Synchronisdtion
accuracy.

A9.1.6 | Verify number of values N.A. N.A. On single-pphase
produced systems, 1 yalue is
provided fof each
of U and

rms-over’

On 3-phase| 3-wire
systems, 3 yalues
are provided for

each of U,
and U

rms-unde

B-under
rms-over:

On 3-phase|4-wire
systems, either 6
values or 3 |values
are provided for
each of U,
and U

rms-over”

b-under

6.9.2 Measurement uncertainty and measuring range
6.9.2.1 General

For underdeviation and-overdeviation, the calculated values are dependent on the underlying
10/12-cycle RMS xnalues, as specified for the magnitude of supply voltage. The relevant tests
in 6.2.4]1 are considered necessary and sufficient to verify the measurement uncertajnty and
measuring range;, as described in 6.9.2.2 and 6.9.2.3.

6.9.2.2 Uncertainty under reference conditions

Covered by 6.2.4.1.

It is sufficient to verify that the underlying 10/12-cycle calculations for magnitude of supply
voltage meet the relevant accuracy and range requirements.

6.9.2.3 Variations due to single influence quantities

Covered by 6.2.4.1.

It is sufficient to verify that the underlying 10/12-cycle calculations for magnitude of supply
voltage meet the relevant accuracy and range requirements.
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6.9.3 Measurement evaluation

Not applicable.

6.9.4 Measurement aggregation
6.9.4.1 General

IEC 61000-4-30 specifies the aggregation method for underdeviation and overdeviation in a
slightly different manner than for other parameters. The following tests are intended to verify
that these aggregation methods are implemented properly.

6.9.4.2 — 101 2-eyelewith-10-min-synchronisation
Covered by 6.2.2.

It is sufficient to verify that the underlying 10/12-cycle calculations for magnitude of supply
voltage jare properly synchronized at the 10-min tick.
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150/180-cycle aggregation with 10-min synchronisation

No.

Target of the test

Testing points
according to Table 3

Complementary test

conditions

Test criteria (if
test is applicable)

A9.2.1

Verify proper aggregation of
Uy nder @nd Usver for the
150/180-cycle interval

IEC 61000-4-30):

[a
< 2
| 2 U s under,

Umn—uJ=1 m

under =————— 1 %]
Ygin

U,

n
2
| Z Urms—nver,i
1 =i

V RMS
1
P5

(150 %

P1

The 10/12-cycle
RMS values will
repeat in groups of
four, as per test no.
A9.1.3.

These 10/12-cycle
RMS values shall
be recorded, and
synchronized with
the associated

=7
n din

Uaver :U— [%]
din

4cniann 1
ToUTrTo0=cygle

(70 %)

1 1 1 1 »

20/24 40/48 60/72 80/96'
cycles cycles cycles cycles

Frequency = 50 Hz / 60 Hz (or both when
applicable)

Test shall last at least 10 s.

values fon U
and U

over*

The 1560/18
values shal
consistent
theoretical

derived fron
10/12-cycle
values, usin
IEC 61000-
equations.

A
under

D-cycle
be

ith the
alues
h the
RMS

9
#-30

A9.2.2

Verify that the 150/180-cycle
aggregations for U, and
U, e, @re re-synchronized at

the 10 min tick

V RMS

P5
(150 %)

P1
(10 %)

n

80/96 ~
cycles

L L L
20/24 40/48 60/72
cycles cycles cycles

Frequency = 50,125 Hz / 60,15 Hz (or both
when applicable)

Test shall last at least 11 min, and shall contain
at least two consecutive RTC 10-min ticks.

The 10/12-4
RMS values
repeat in gr|
four, as per,

These 10/1
RMS values
be recorded
synchronize
the associa
150/180-cy
values for {J
and U

over’

The final 15
cycle value
10 min intef
the first (re
synchronizg
150/180-cy
value in the
10 min intey
shall both b
consistent
theoretical
derived fron
10/12-cycle
values, usirn

ycle
will
bups of
9.1.3.

P-cycle
shall

, and
d with
ed

le

under

0/180-
in one
val and

d)

le

next
val

e

ith the
alues
h the
RMS

g

equations f

om

IEC 61000-4-30.

10-min tick should occur in the middle of the 150/180-cycle time interval number 201.

NOTE 50,125 Hz = (200,5/ 600) x 150; 60,15 Hz = (200,5 / 600) x 180.

6.9.4.4

10-min aggregation

Each test shall last at least 11 min, and shall contain at least two consecutive RTC 10-min

ticks.
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No. Target of the test Testing points Complementary test Test criteria (if
according to Table 3 conditions test is applicable)
A9.3.1 Verify proper aggregation of V RMS The 10/12-cycle
U nger @nd U, ., for the y RMS values will
10 min interval (according to i repeat in groups of
Equations 6 and 7 from four, as per test no
IEC 61000-4-30:2008, (P15500/ ______ A9.1.3.
shown below): °
W w) These 10/12-cycle
‘I‘f_ B RMS values shall
“;Um'sfunder—' P1 be recorded for the
U 7”“‘"_\ n o (10 %) - entire 10 min
under = [%]| I 1 | | ¢ )
[ i 1 i 1 interval, and lined
I ' ' ' — | up with the
20/24 40/48 60/72 80/96 . .
I‘.ZU’%“S‘WE” cycles cycles cycles cycles associated 10 min
[ m— varues 1] J,,.q
Uner = n (%] Frequency = 50 Hz / 60 Hz (or both when and U under
Uy H over’
din applicable)
. . The<N0:min|values
Test shall last at least 11 min, and shall contain | gpailbe corsistent
at least two consecutive RTC 10-min ticks. with the thebretical
values deriyed from
the 10/12-cycle
RMS valueq, using
equations fjom
IEC 61000-4-30.
6.9.4.5 2-h aggregation
When applicable, the test shall be carried out according¢to the table below:
No. Target of the test Testing points Complementary test Test critefion (if
according to Table 3 conditions test is applicable)
A9.4.1 Check 2-h aggregation It shall be checked that the 2-h aggregated value is provided by the

equipmentunder test.
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6.10 Flagging
No. Target of the test Testing points Test criteria (if test is applicable)

A10.1.1 Check flagging is not set This test shall include at Check there is no flagging in all
when flagging conditions least 1 complete 2-h aggregated intervals.
are not met interval.

NOTE This test can be
combined with another
test that does not include
flagging conditions.

A10.1.2 Flagging in polyphase Dip: 70 % of Ugjn, 1 Each of the parameters listed below is
system caused by voltage | channel, L2, duration: 100 | flagged within each of the corresponding
dip ms measurement intervals that contain the

g in
For P, flicker This test shall include at g:g/usrve\}/eézl)r?terrupuon S TESTAE

least 1 complete 2-h ’

interval. — flicker (2-h P}))
NOTE For reasons of'efficiency, |this test
only examines the_flagging of the flicker
(2-h P, values), even though other 2-h
values are alsoexpected to be flagged.

A10.1.3 Flagging in polyphase Dip: 70 % of Ugjpn, 1 Each of the-parameters listed below is
system caused by voltage | channel, L2, duration: flagged within each of the corresppnding
dip @ 100 ms measurement intervals that contain the

. dip/swell/interruption (as illustrated in

A10.1.4| | Flagging in polyphase Swell: 120 % of Ugjpn, 2 Biglre 16):
system caused by voltage | channels, L1 + L3,
swell 2 duration: 100 ms 3 power frequency (10 s)

A10.1.5| | Flagging in polyphase Interruption: 0 % of Ugny — voltage magnitude (10/12-cycley
system caused by voltage | 3 channels, L1 + L2¢+ 13, 150/180-cycle, 10 min)

H H a f .
interruption duration: 100 ms — flicker (10 min Pst)
— supply voltage unbalance (10/1R-cycle,
150/180-cycle, 10 min)
— voltage harmonics (10/12-cycle
150/180-cycle, 10 min)
— voltage interharmonics (10/12-gycle,
150/180-cycle, 10 min)
— mains signalling (10/12-cycle)
— underdeviation and overdeviatigpn
(10/12-cycle, 150/180-cycle, 10 min)
The 100Fms dip/swell/interruption shall begin and end within the same 10/12-cycle interval, and within the same

10-s intd
2 Fori
For i
the ¢
in IE

rval for frequéncy.

C.62586-1.

hstruments using the polyphase approach for data flagging, the flag is applied to all measured
nstruments using the channel by channel approach, the flag is applied only to the phase(s) cgntaining
ip/swell/interruption event. The polyphase approach and the channel by channel approach are

phases.

defined

NOTE See explanation in Figure 16.
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RTC
10-min tick
1
: P
ol Dip/swell/interruption
L HHHHHHE 1/2 cycle rmsyiau: T E1/20yclermsiii i
i i
(]
0 112 13..24 2536 169..180 1..12 13..24
]
: 46 +120 7130 150 10 TT-20
(] Voltage magnitude
: Supply voltage unbalance
) Voltage harmonics
10/12 cycles | 10/12 cycles [10/12 cycles Voltage interharmonics 10/12 cycles10/12 cycles|10/12 ¢cycles

' Mains signalling
: i 2 3 Underdeviation and 15 1 *
N overdeviation
) \4 \ 4 \ 4 \ 4 \ 4 \ 4

150/180 cycles (n) 150/180 cycle time interval (1+1)
]
]

10 min interval (x) <\\<
8 Voltage magnitude, Supply voltage unbalance, Voltage harmonics, Veltage interharmonics,
¥ Uhderdeviation and overdeviation, Flicker Pst

N

2 hinterval (x) @
v Flicker Pit
a

RTC
10-s tick
10 s interval (z) (-\\\)
Ffequency
IEC
Figure 16 — Flagging test for class A
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6.11 Clock uncertainty testing

No. Target of the test Test procedure

A11.1.1| Check clock uncertainty 1) Verify that the instrument is operating with clock synchronization
(check device status).

2) Inject a fixed-duration interruption with a synchronized signal
generator and note the start time of interruption T1start.

3) Verify the instrument has detected an interruption and note the
measured start time (reading) T1start_mes. Check the accuracy of
T1start_mes, it shall be T1start £ 1 cycle.

4) Disconnect or disable the synchronization and leave the
instrument measuring for at least 24 h.

NOTE During that time, the device 1s available to be used for any
test not requiring synchronization.

5) Inject a fixed duration interruption with a synchronized signal
generator and note the start time of interruption-T2start.

6) Verify the instrument has detected an interruption and notg the
measured start time (reading) T2start_mes:

7) Verify the clock uncertainty:
Modulus(T2start - T2start_mes) <
(T2start — T1start) x 1/ (3600 x,24)

See Figure 17.

NOTE 1| The injected interruption 2) and 5) will have an arbitrary durdtion (e.g. 1 s).

NOTE 2| T1start_mes and T2start_mes have a resolution of £20 ms.

' .
: Generator interrupt ,| Generator interrupt
: T1start ; T2start
' i
! .
1 1
! !
— = |

|

|
oy

t . 1
| |
| v
v

' Instrument reading

Tistart_mes Instrument reading

T2start_mes

IEC

Figure 17 — Clock uncertainty testing
6.12 Variations due to external influence quantities
6.12.1 General

The variations shall only be checked for frequency measurement and for voltage
measurement.
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6.12.2

Influence of temperature

Each test shall last at least 1 min.

— 59 —

No. Target of the Testing points Complementary Test criterion (if test is applicable)
test according Table 3 test conditions
according to
Table 5
A12.11 Check the P1 for frequency @ ET1 Measurement value will be used for
influence of low further calculation
t t
emperature Check each 10 s measurement
complies with the limits (e.g. Figure
2 of IEC 62586-1:2013)
P2 for frequency @ ET1 Measurement value will be used for
further calculation
Check each 10 s measuremgnt
complies with thedlimits (e.g.|Figure
2 of IEC 62586-12013)
P3 for frequency 2@ ET1 Measuremenfivalue will be uped for
further caleutation
Chegek each 10 s measuremgnt
complies with the limits (e.g.|Figure
2.0fAEC 62586-1:2013)
P1 for voltage ET1 Measurement value will be uged for
magnitude further calculation
Check each 10/12 cycles
measurement complies with fhe
limits (e.g. Figure 2 of IEC 6P586-
1:2013)
P3 for voltage ET1 Measurement value will be uged for
magnitude further calculation
Check each 10/12 cycles
measurement complies with fhe
limits (e.g. Figure 2 of IEC 6P586-
1:2013)
P5 forvoltage ET1 Measurement value will be uged for
magnitude further calculation
Check each 10/12 cycles
measurement complies with fhe
limits (e.g. Figure 2 of IEC 6P586-
1:2013)
Clock uncertainty ET1 Less than 333 ms
(check drift on an
8-h duration)
A12.1.2 Check the P1 for frequency 2 ET2 Measurement value will be used for
influence of further calculation
WOISL TAdsSE
temperature Check. each 10s mea}surement.
complies with the limits (e.g. Figure
2 of IEC 62586-1:2013)
P2 for frequency @ ET2 Measurement value will be used for
further calculation
Check each 10 s measurement
complies with the limits (e.g. Figure
2 of IEC 62586-1:2013)
P3 for frequency @ ET2 Measurement value will be used for

further calculation.

Check each 10 s measurement
complies with the limits (e.g. Figure
2 of IEC 62586-1:2013).
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No. Target of the
test

Testing points
according Table 3

Complementary
test conditions
according to

Table 5

Test criterion (if test is applicable)

P1 for voltage
magnitude

ET2

Measurement value will be used for
further calculation. Check each
10/12-cycle measurement complies
with the limits (e.g. Figure 2 of

IEC 62586-1:2013).

P3 for voltage
magnitude

ET2

Measurement value will be used for
further calculation. Check each
10/12-cycle measurement complies
with the limits (e.g. Figure 2 of

IEC 62586-1:2013).

P5 for voltage
magnitude

ET2

Measurement value will be used for
further calculation. Check.edch
10/12-cycle measurement cdmplies
with the limits (e.g Figure 2 pf
IEC 62586-1:2013).

Clock uncertainty
(check drift on an
8-h duration)

ET2

Less than 333 ms.

A12.1.3 Check the
influence of
high
temperature

P1 for frequency @

ET3

Measurement value will be used for
further calculation. Check edch 10 s
measurement complies with fhe
limits (e.g. Figure 2 of IEC 6p586-
1:2013).

P2 for frequency 2

ET3

Measurement value will be used for
further calculation. Check egqch 10 s
measurement complies with [he
limits (e.g. Figure 2 of IEC 6P586-
1:2013).

P3 for frequency 2

ET3

Measurement value will be used for
further calculation. Check egch 10-s
measurement complies with fhe
limits (e.g. Figure 2 of IEC 6P586-
1:2013).

P1 for voltage
magnitude

ET3

Measurement value will be used for
further calculation. Check edch
10/12-cycle measurement cdmplies
with the limits (e.g. Figure 2 pf
IEC 62586-1:2013).

P3 for voltage
magnitude

ET3

Measurement value will be used for
further calculation. Check egch
10/12-cycle measurement cdmplies
with the limits (e.g. Figure 2 pf
IEC 62586-1:2013)

P5 for voltage
magnitude

ET3

Measurement value will be used for
further calculation. Check egch

10H2-eyele—measurementedmplies
with the limits (e.g. Figure 2 of
IEC 62586-1:2013).

Clock uncertainty
(check drift on a 8-
h duration)

ET3

Less than 333 ms.

a

Instruments intended to work at 50 Hz shall use the figures provided in the line "Frequency 50 Hz"

in Table 3. Instruments intended to work at 60 Hz shall use the figures provided in the line "Frequency
60 Hz" in Table 3. Instruments intended to work both at 50 Hz and 60 Hz shall use the figures provided in
both the lines "Frequency 50 Hz" and "Frequency 60 Hz".
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6.12.3 Influence of power supply voltage
No. Target of the test Testing points Complementary Test criterion (if test is
according Table 3 test conditions applicable)
according to
Table 5
A12.2.1 Check influence of | P1 for frequency 2 | EV1 Measurement value will be used
low power supply for further calculation.
voltage Check each 10 s measurement
complies with the limits.
P2 for frequency 2@ EVA1 Measurement value will be used
for further calculation.
Check each 10 s measurement
complies with the limits.
P3for frequency ° EVT Measurement vatue wittbejused
for further calculation.
Check each 10 s measurement
complies with the limits.
P1 for voltage EV1 Measurement value will be|used
magnitude for further caleulation.
Check each(10/12-cycle
measunreément complies with the
limits(
P3 for voltage EV1 Méasurement value will be|used
magnitude for further calculation.
Check each 10/12-cycle
measurement complies with the
limits.
P5 for voltage EVA1 Measurement value will be|used
magnitude for further calculation.
Check each 10/12-cycle
measurement complies with the
limits.
A12.2.2 Check influence of | P1 for frequency 2 EV2 ;\/Ie?SLiLemenT Ve:lli.e will befused
high power supply or further calculation.
voltage Check each 10 s measurement
complies with the limits.
a Measurement value will be|used
P2 for frgquency EV2 for further calculation.
Check each 10 s measurement
complies with the limits.
a Measurement value will be|used
B3 for frequency EV2 for further calculation.
Check each 10 s measurement
complies with the limits.
P1 for voltage EV2 Measurement value will be|used
magnitude for further calculation.
Check each 10/12-cycle
measurement complies with the
limits.
P3 for voltage EV2 Measurement value will befused
magnltude fUI fult:lcl ua:uu:at;ull.
Check each 10/12-cycle
measurement complies with the
limits.
P5 for voltage EV2 Measurement value will be used
magnitude for further calculation.
Check each 10/12-cycle
measurement complies with the
limits.

a8 Instruments intended to work at 50 Hz shall use the figures provided in the line "Frequency 50 Hz"
in Table 3. Instruments intended to work at 60 Hz shall use the figures provided in the line "Frequency
60 Hz" in Table 3. Instruments intended to work both at 50 Hz and 60 Hz shall use the figures provided in
both lines "Frequency 50 Hz" and "Frequency 60 Hz".
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6.13 Rapid voltage changes (RVC)
6.13.1 RVC parameters and evaluation

An RVC event is characterized by four parameters:

e start time,

e duration,
*  AUpax
o AUg.

The start time of an RVC event shall be time-stamped with the time at which the ‘voltage-is-
steady-state’ logic signal became false and initiated the RVC event.

The evgnt duration of an RVC event is 100/120 half cycles shorter than the duration |that the
‘voltagetis-steady-state’ logic signal is false.

The AUp,,, of one RVC event is the maximum absolute difference between any of the| Uyng 1)
values quring the RVC event, and the final arithmetic mean 100/120 ¥y, value jusy prior to
the RV( event. For polyphase systems, the AU,,,, is the largest At ., on any channe|.

The RVL event AUy of one RVC event is the absolute difference between the final affithmetic
mean 100/120 U, (1) value just prior to the RVC event, and the first arithmetic mean 100/120

Urms(1) |Value after the RVC event. For polyphase systems, the AUg is the largest AUgg on
any chapnel.
“voltagp is-steady-state” logic signal 100/120 Upms gy
rms(%2

[
|t
Changeg in “voltage-is-steady-state” logic signal are disabled -
|
|

[
SN P8
f
|
|

RVC event duration l¢—pt
RVC threshold I RVC threshold

with hysteresis applied

|

| |

|
~T
100/120 Unmegsy |
|

|

|

|

|

|

E
=)
(9]
8 Arithmetic miean Bl e bl e ke Gl Je C s D
g of the previous ..........................................................
100/120 @imgyyy values Uy Values
|_Dip threshold”__ _ _ _ _ _ _ _ _ o L
Time

IEC

Figure 18 — Example of RVC event

6.13.2 General
6.13.2.1 General intents

The voltage test signals implemented are defined in this chapter. The tests focus on
showcasing the 5 general scenarios of how RVC events could be detected, whilst placing
particular emphasis on the following features: amplitude, duration, start time and end time,

polyphase system, etc.
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The test

results and the relevant analysis are provided here as well.

NOTE The test cases below are designed for both class A and class S. If Urms(1 (one cycle) is selected for class
S RVC, then 100/120 half cycles should be replaced throughout the event evaluation with 50/60 full cycles.

6.13.2.2

Uncertainty of results

Magnitude measurement uncertainty:

e class A: the measurement uncertainty shall not exceed +0,2 % Uy;p,;

e class S: the measurement uncertainty shall not exceed +1,0 % Uy;,.

Duratio

measurement uncertainty:

e clasp A: +1 cycle, commencement uncertainty (half cycle) plus the conclusion"ung

(half

cycle);

ertainty

o clasp S: if Upyg(y) is used, then the uncertainty is +1 cycle. If Uypgqy isvused, then the

uncertainty is 2 cycles.

6.13.2.3
¢ RV(
¢ RV(
* Ugp

o USW b1 threshold = 110 % Udin

6.13.2.4

The follpwing types of tests are specified hereafter:

e noH
¢ RV(Q
e RV(
¢ RV(Q

e VSS
valu
me

NOTE 1
However,

NOTE 2
an uncert

hinty of +2 half cycles on results is accepted.

Setup values
threshold (5 %)
hysteresis (2,5 %)
threshold = 90 % Uy;,

Type of functional tests

VC tests (slow change, small change, big change-dips/swells);
setup test (threshold, hysteresis);

parameters test (start time,"AU,,,x; AUgs, duration);
polyphase test (start time, AU, ,,; AUgg, duration);

(voltage is in steady state) test rule: all the immediately preceding 100/120
s (1 s) remain_Wwithin an RVC threshold, reduced by hysteresis, from the ar
n of those 100M120 Uy (1) values.

Only negative.-"RVC events and only the initial VSS = 100% U, have been specified in th

d
the same(results should also be obtained for positive RVC events |é;nd initial VSS >/< 100% Uy,

All tésts*are more qualitative than quantitative tests. Due to uncertainty in simulation and meas

Urms (%)
ithmetic

pse tests.

lrements,
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6.13.3 "No RVC" tests

No. Target of the test Testing points Complementary test Test criterion (if
according Table 3 conditions according | test is applicable)
to Table 5
A13.1.1 To verify that no RVC event | P4 for frequency Test shall be No RVC shall be
will be detected if the conducted according detected.
voltage magnitude changes to Table 8
too slowly.
See NOTE 1
A13.1.2 To verify that no RVC event | P4 for frequency Test shall be No RVC shall be
will be detected if the conducted according detected.
voltage magnitude changes to Table 9
less than the threshaold
See NOTE 1
A13.1.3 To verify that if a dip/swell P4 for frequency Test shall be No RVC'shpgll be
is detected during an RVC conducted according detected.
event, including the to Table 10 .
disabled 100/120 half fwfe dip shall be

cycles, then the RVC event detected.

would be discarded and
recorded as a dip/swell.

See NOTE 2

NOTE 1| An RMS voltage is in a steady-state condition if all the immediately\preceding 100 Urms(%) valyies (1 s)
remain Within RVC threshold from the arithmetic mean of those 100 Urms(‘/z) values.
NOTE 2[ If a voltage dip or voltage swell is detected during an RVC event, including the disabled 100 half
cycles, fhen the RVC event is discarded because the event is nét/an RVC event. It is a voltage dip ol voltage
swell.

Table 8 — Specification of test A13.1.1

Test t0=0 t1 =100 half {2"= 300 half t3 = 400 half t4 = 600 half t5 = gnd test
definition (start test) cycles cycles cycles cycles

(start ramp (start ramp

down) up)
U, 100 % Uy, 100 % Uy, 92 % Uy, 92 % Uy, 100 % Uy, 100 % Uy,

a8 This sequence of test is described in Figure 19; theoretical limits are described in Figure 20.
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Figure 20 — A13.1.1 waveform with RVC limits and arithmetic mean
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Test t0=0 t1 =100 half t2 = 150 half tend N.A. N.A.
definition 2 (start test) cycles cycles
(step down) (step up)
U, 100 % Uy, 97 % Uy, 100 % Uy, 100 % Uy, N.A. N.A.
a8 This sequence of test is described in Figure 21; Theoretical limits are described in Figure 22.
1,10
1,05
1,00
= |nput
0,95
0,90
0,85 T ; T T 1
100 200 300 400 500 60p
FC
Figure 21 — A13.1.2 waveform
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~ e e
1,00 -~ Arithmetic mean
= = + RVC limit
— RVG limit
095 f————— -
Input
0,90
0,85 T T T T 1
D 100 200 300 400 500 600
IEC
Figure 22 — A13.1.2 waveform with RVC limits and arithmetic means
Table 10 — Specification of test A13.1.3
Test t0=0 11 =100 half | r2=450half | (3 =250 half | rend N.A.
definition P (start test) cycles cycles cycles
(18t step (2" step (step up)
down) down)

U, 100 % Uy, 93 % Uy 85 % Uy, 100 % Uy, 100 % Uy, N.A.

@ This sequence of test is described.in Figure 23;

b Theor

etical limits are described in Figure 24.
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Figure 23 — A13.1.3 waveform
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D,85
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0 100 200 300 400 500 60D
Fc
Figure 24 — A13.1.3 waveform with RVC limits and arithmetic mean
6.13.4 "RVC threshold and setup” test
No. Target of the test Testing points Complementary test Test criterion (if
according Table 3 conditions according | test is applicable)
to Table 5
A13.2.1 To verify that the RVC P4 for frequency Test shall be One RVC shall be
setup values as specified in conducted according detected:
6.13.2.3 lid. to Table 11
are val o rabie Start: 100 half
RVC threshold cannot be cycles
exactly tested, but to verify )
its TRUE when RVC AUpay: 7 % Ugin
AU, > RVC threshold. AUg 7 % Ugp
RVC hysteresis can be Duration: 63 half
measured indirect by cycles t 2 half
measuring RVC duration. cycles



https://iecnorm.com/api/?name=a98f3c221ce0f038ffbe19a59a7b3e28

IEC 62586-2:2017 © |IEC 2017

— 69 —

Table 11 — Specification of test A13.2.1

Test t0=0 t1 =100 half tend N.A. N.A. N.A.
definition @ (start test) cycles
(step down)

U, 100 % Uy, 93 % Uy, 93 % Uy, N.A. N.A. N.A.
a8 This sequence of test is described in Figure 25;
b Theoretical limits are described in Figure 26.

1,10

1,05

1,00

— Input

0,95

0,90

0,45 T T T T T 1

100 200 300 400 500 60p

Figure 25 — A13.2.1 waveform

EC
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Figure 26 — A13.2.1 waveform with RVC limits and arithmetic mean
6.13.5 | "RVC parameters" test
No. Target of the test Testing points Complementary test Test criterion (if
according Table 3 conditions according | test is appllicable)
to Table 5
A13.3.1 To verify that the above P4 forfrequency Test shall be One RVC detected:
mentioned RVC parameters conducted according )
are valid. to Table 12 Start: 100 half
cycles
See NOTE oo
AUmax' 7% Udin

AU 3% Uy,

Duration: 4P half
cycles t 2 half
cycles

The follgwing parameiers can be tested:

RV({ start time stamp: an RVC event shall be time-stamped with the time at which the ‘voltage-is-stepdy-
stat¢’ logic signal became false and initiated the RVC event.

RVdC AUm,aX is t_he ma_ximum absolute difference betvyeen any of the O p— values during the RVC e/entth
an ms, the

. TMS( /2
AU, .. is the largest AU, on any channel.

RVC AU : is the absolute difference between the final arithmetic mean 100/120 Urms () value just prior to
the RVC event and the first arithmetic mean 100/120 Urms(%) value after the RVC event. For polyphase
systems, the AU is the largest AU_, on any channel.

RVC duration: is 100/120 half cycles shorter than the length of time during which the ‘voltage-is-steady-
state’ logic signal is false.
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Table 12 — Specification of test A13.3.1

Test definition 2 t0=0 t1 =100 half cycles | 2 =150 half cycles | rend
(start test) (step down) (step up)

U, 100 % Uy, 93 % Uy, 97 % Uy, 97 % Uy,
28 This sequence of test is described in Figure 27;
b Theoretical limits are described in Figure 28.

110

1,05

1,00

= Input

0,95

0,90

0,85 T T ‘ T ‘

0 100 200 300 400 500 600

Figure27 — A13.3.1 waveform
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Figure 28 — A13.3.1 waveform with RVC.limits and arithmetic mean
6.13.6 | "RVC polyphase" tests
No. Target of the test Testing\points Complementary test Test critefion (if
according Table 3 conditions according | test is appllicable)
to Table 5
A13.4.1 To verify that in a P4'for frequency Test shall be One polyphase
polyphase system, RVC conducted according RVC shall he
detection depends on the to Table 13 detected:
combined VSS (voltage-is- )
steady-state) logic signal Start: 100 half
This signal is the logical* cycles
AND of the ‘voltagexis- AU 8% U.
steady-state’ logic_signal of AU 4% lU (.jm
each phase. ss din
Duration: 5P half
See NOTE cycles * 2 half
cycles

For polyphase systems, the combined ‘voltage-is-steady-state’ logic signal shall be the logical AND of the
‘voltagefis:Steady-state’ logic signal of each voltage channel. The following parameter can be tested:

— RVCTstarttimestamp—am RV Cevent shattbe time-stamped-withthe time—at-wiich thecompbinmed—voltage-is-
steady- state’ logic signal became false and initiated the RVC event.

- RVC AU, ,,: for polyphase systems, the AU is the largest AU, . on any channel.
- RVC AU : for polyphase systems, the AU is the largest AU, on any channel.

— RVC duration: is 100/120 half cycles shorter than the length of time during which the combined ‘voltage-is-
steady-state’ logic signal is false.
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Table 13 — Specification of test A13.4.1

Test t0=0 t1 =100 half t2 = 120 half t3 = 140 half t4 = 160 half t5 = 180 half
definition 2 (start test) cycles cycles cycles cycles cycles
UVSS ohase 1 100 % Uy, 97 % Ugp, 97 % Ugp, 97 % Uy, 97 % Uy, 97 % Uy,
Uvss phase 2 100 % Uy, 100 % Uy, 93 % Uy, 93 % Uy, 93 % Uy, 96 % Uy,
UVSS ohase 3 100 % Uy, 100 % Uy, 100 % Uy, 92 % Uy, 100 % Uy, 100 % Uy,
Test /6 =200 half | rend N A N A N A N A
definition 2 cycles
UVSS phasel 100 % Uy, 100 % Uy, N.A. N.A. N.A. N.A.
0, 0,
Uvss phase| 2 96 % Uy, 96 % Uy, N.A. N.A. N.A, N.A.
0, 0,
Uvss phase| 3 100 % Udin 100 % Udin N.A. N.A. N.A. N.A.
a8 This squence of test is described in Figure 29.
1,10
1,05 Phase A
= Phase B
Phase C
1,00( - N |
0,95
0,90
0,85 T T T T 1
0 50 100 150 200 250 300 350
IEC

Figure 29 — A13.4.1 waveform
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6.13.7 "Voltage is in steady-state condition” tests
No. Target of the test Testing points Complementary test Test criterion (if
according Table 3 conditions according | test is applicable)
to Table 5
A13.5.1 To verify that, if the second P4 for frequency Test shall be One RVC detected:
RVC event starts before the conducted according )
VSS (voltage-is-steady- to Table 14 Start: 100 half
state) logic signal changes cycles
to true, only one RVC event AU, ;9% Uy
ill be detected. max_ n
wi € detlecte AUss' 6 % Udin
To verify that meter does Duration: 170 half
not.return VSS to true if cycles + 2 half
period = 90 half cycles cycles
<+66—=2
VSS > 90 half
cycles
A13.5.2 To verify that if, the second Frequency 50 Hz Test shall be Two RVC detected:
RVC event starts after the conducted according )
VS (voltage-is-steady-state) | P4 for frequency to Table 15 RVC1:
logic signal changes to true, Start: 100 Ralf
two RVC events shall be cycles
detected.
AU __ 7% U,
To verify that meter does AUTS 9 1 dn
return VSS to true if ss din
period = 110 half cycles Duration: 5D half
(> 100). b cycles * 2 half
cycles
RVC2:
Start: 270 half
cycles
AUmax: 6 % Udin
AU 3 % Uy
Duration: 5 half
cycle £ 2 half
cycles
VSS <110 half
cycles
a8 Single RVC should be detected. Fhis test will confirm that the meter does not return VSS to true before 100
half gycles (for the test, 90 half cycles are used).
b Two|independent RVCs §hould be detected. This test will confirm that the meter does return VS$ to true
after| 100 half cycles (for the test, 110 half cycles are used).
Table 14 — Specification of test A13.5.1
Test t0=0 t1 =100 half t2 = 150 half t3 = 240 half t4 = 270 half tend
definition &b (STErTTesT) cycles cycles cycles cycles
U, 100 % Uy, 93 % Uy, 97 % Uy, 91 % Uy, 94 % Uy, 94 % Uy,

a8 This sequence of test is shown in Figure 30.

b

The theoretical limits are shown in Figure 31.
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Figure 31 — A13.5.1 waveform with RVC limits and arithmetic mean
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Table 15 — Specification of test A13.5.2

Test t0=0 t1 =100 half t2 = 150 half t3 = 260 half t4 = 320 half tend
definition @b (start test) cycles cycles cycles cycles
U, 100 % Uy, 93 % Uy, 97 % Ugp, 91 % Uy, 94 % Uy, 94 % Uy,
a8 This sequence of test is shown in Figure 32.
b The theoretical limits are shown in Figure 33.
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Figure 32 — A13.5.2 waveform
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Figure 33 — A13.5.2 waveform with RVC limits and arithmetic mean
6.14 Magnitude of current
The test procedure specified in 6.2 shall be ‘ysed (while replacing "voltage magnitude" by
"magnitude of current") in conjunction with-the applicable test points specified in Table 3 and
Table 4
6.15 Harmonic current
The test procedure specified in/6.6 shall be used (while replacing "voltage magnitude" by
"magnitude of current") in conjunction with the applicable test points specified in Table 3 and
Table 4
6.16 Interharmonic currents
The test procedure specified in 6.7 shall be used (while replacing "voltage magnitude" by
"magnitude eficurrent") in conjunction with the applicable test points specified in Table 3 and
Table 4

6.17 C

6.17.1

urrent unbalance

General

Use a 3-channel AC power source that meets or exceeds the following stability ratings under
the reference conditions: voltage +0,02 %, phase angle +0,02°.

NOTE 1

NOTE 2
below 5A.

Reference conditions for PQI are defined in IEC 62586-1.

If 1, is specified above 5A, the phase current can be chosen in the range of 20 % to 100 %

I, but not
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6.17.2 Measurement method, measurement uncertainty and measuring range

No.

Target of the test

Testing conditions

Complementary test

conditions

Test criterion (if test
is applicable)

A17.1.1

Check uncertainty of
unbalance measurement

Connect a 3-channel AC
power source and adjust

Channel 1 to 100,2 % of
I, 0,00°

Channel 2 to 99,9 % of
1,,-120,00°

Channel 3 to 99,9 % of
1., 120,00°

N.A.

Check if ig and i, are
between 0 % and
0,35 %

A17.1.2

ol ! e iprde £
CIHCUR UTICETLAlTIty Ul

unbalance measurement

CUIIIIUbt “IC S'Dildllllci
AC power source and
adjust

Channel 1 to 110 % of
1., 0,00°

Channel 2 to 95 % of 1,
-120,00°

Channel 3 to 95 % of I,
120,00°

Cireck—if iO and i2 are
between 4,8 (% and
5,2 %

A17.1.3

Check uncertainty of
unbalance measurement

Connect the 3-channel
AC power source and
adjust

Channel 1 to 100 % of
I, 0,00°

Channel 2 to 100 % ©of
1,,-150,00°

Channel 3 to 190, % of
I1,,90,00°

N.A.

Check if iy apd i, are
between 17,% % and
18,1 %

A17.1.4

Check uncertainty of
unbalance measurement

Connect the’3-channel
AC power source and
adjust

channel 1 to 55 % of 1,
0,00°

Channel 2 to 47,5 % of
I, -120,00°

Channel 3 to 47,5 % of
I, 120,00°

N.A.

Check if ig and i, are
between 4,7 (% and
5,3 %

A17.1.5

Check uncertainty of
unbalance-tmeasurement

Connect the 3-channel
AC power source and
adjust

Channel 1 to 105 % of
I, 0,00°

N.A.

Check if i, ig between
1,8 % and 2,2 %

Check if i, ig between
2,8 % and 3,2 %

Channel 2 to 97,5 % of
1,,-120,5°

Channel 3 to 97,5 % of
1,,120,5°

7 Functional testing procedure for instruments complying with class S
according to IEC 61000-4-30

7.1

7.1.1

Power frequency

General

Frequency measurement shall be made on the reference channel.
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Measurement method

The testing procedure is identical to the one defined for class A.

Each test shall last at least 2 min.

No. Target of the test Testing points Complementary test Test criterion (if
according to Table 3 conditions test is applicable)
S1.1.1 | Check that averaging Loop (§ee graph Count the number of TC10s(sam)
interval is 10 s below): frequency readings in
P1-P3 triangle 2 min (V) TC(11< N <13)
Duration: 5 s
P3-P1 triangle
Duration: 5 s
>
5s 10s 15s
7.1.3 Measurement uncertainty and measuring range
7.1.3.1 Uncertainty under reference.conditions
The tes{ing procedure is identical to theyone defined for class A.
Each test shall last at least 1 min.
No. Target of the test Testing points Complementary test Test criterion|(if test
according to Table 3 conditions is applicable)
S1.2.1 Check measuring P1 for frequency 2@ N.A. TC10s(unc)
range
S1.2.2 | Check measuring P2 for frequency 2@ N.A. TC10s(unc)
range
S$1.2.3 | Cheéck measuring P3 for frequency 2 N.A. TC10s(unc)

range

2 Instruments intended to work at 50 Hz shall use the figures provided line "Frequency 50 Hz" in
Instruments intended to work at 60 Hz shall use the figures provided in line "Frequency 60 Hz" in Table 3.
Instruments intended to work both at 50 Hz and 60 Hz shall use the figures provided both in line "Frequency
50 Hz" and in line "Frequency 60 Hz".

able 3.

7.1.3.2

Variations due to single influence quantities

The testing procedure is identical to the one defined for class A.

Each test shall last at least 1 min.
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No.

Target of the test

Testing points
according to Table 3

Complementary test
conditions

Test criterion (if test
is applicable)

S$1.3.1

Measure influence of
voltage magnitude on

P2 for frequency 2°

S1 for voltage
magnitude.

TC10s(unc)

measurement
uncertainty (for further
calculations as
required in Clause 8).

S$1.3.2 | Measure influence of P2 for frequency 2P S1 for harmonics TC10s(unc)
harmonics on
measurement
uncertainty (for further
calculations as

required in Clause 8).

a8 Instruments intended to work at 50 Hz shall use the figures provided in the line "Frequeficy 50 Hz"
in Table 3. Instruments intended to work at 60 Hz shall use the figures provided in the line\!Frequency
60 HE" in Table 3. Instruments intended to work both at 50 Hz and 60 Hz shall use the figures\provigled both
in linle "Frequency 50 Hz" and in line "Frequency 60 Hz".

b

Frequency measurement is made on the reference channel.

7.1.4 Measurement evaluation
No. Target of the test Test
S1.4.1 Reference channel It shall be checked that the frequency measurement is made op the
reference channel
7.1.5 Measurement aggregation

Aggregation is not required for power frequency:

7.2 Magnitude of the supply voltage
7.21 Measurement method

The tes{ing procedure is identical'to the one defined for class A.

Each tegt shall last at leastt s.

No. Target of.the test Test

S2.1.1 Check gapless and non- A test shall be carried out according to the requirements of Anpex F.

overlapping measurement

NOTE
measurdment, (covered by other tests), checking of basic accuracy of 10/12-cycle measurement (co
other tegts)

The, following tests are not listed here because they are covered by other tests: checking of tjlue RMS
ered by

7.2.2 Measurement uncertainty and measuring range

7.2.2.1 Uncertainty under reference conditions

The testing procedure is identical to the one defined for class A.

Each test shall last at least 1 s.
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No. Target of the test Testing points Complementary test Test criterion (if test
according to Table 3 conditions is applicable)

S2.2.1 | Check measuring P1 for voltage N.A. TC10/12(unc)
range magnitude

S2.2.2 | Check measuring P3 for voltage N.A. TC10/12(unc)
range magnitude

S$2.2.3 | Check measuring P5 for voltage N.A. TC10/12(unc)
range magnitude

7.2.2.2 Variations due to single influence quantities
The tes{ing procedure is identical to the one defined for class A.
Each test shall last at least 1 s.
No. Target of the test Testing points Complementary test Test criterion|(if test
according Table 3 conditions according is applicable)
to Table 4

S2.3.1 Measure influence of P3 for voltage S1 for frequency TC10/12(unc)
frequency on magnitude
measurement S3 for frequency TC10/12(unc)
uncertainty (for further
calculations as
required in 8).

S2.3.2 | Measure influence of P3 for voltage S1%or harmonics TC10/12(unc) dn ch1
harmonics on magnitude compared to a
measurement reference voltage
uncertainty (for further
calculations as
required in 8).

7.2.3 Measurement evaluation

Not applicable.

7.2.4 Measurement aggregation

7.2.4.1 10/12 cycles with 10 min synchronisation

Not requiired for class S.

Class S

further 1

7.2.4.2

requires gapless and non-overlapping 10/12-cycle blocks (test S2.1.1). Thefe is no
equirement for 10 min synchronization.

150/180-cycle aggregation with 10-min synchronisation

Each test shall last at least 11 min, and shall contain at least two consecutive RTC 10-min

ticks.
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No. Target of the test Testing points Complementary test Test criterion (if
according to Table 3 conditions test is applicable)
S2.5.1 Check gapless Loop (see graph f=50,125 Hz Check 150/180-
implementation below): (covering 50 Hz) cycle aggregation
) and/or 60,15 Hz complies with
- voltage changing | (covering 60 Hz) IEC 61000-4-30
linearly fro‘m ‘P1 to depending on
P3 for 1 min in manufacturer selection
duration, then
— linearly from P3 to
P1 for 1 min in
duration
u()
P3
P1
1 min 2 min 3'min
10-min tjck should occur in the middle of the 150/180-cycle time interval number 201.
NOTE p0,125 Hz = (200,5 / 600) x 150; 60,15 Hz = (200,5 / 600)/% 180
7.2.4.3 10-min aggregation
Each tept shall last at least 11 min, and shall contain at least two consecutive RT( 10-min
ticks.
No. Target of the test Testing points Complementary test Test criterion
according to Table 3 | conditions according
to Table 4
S2.6.1 Check 10-min aggregation Loop (see graph S2 for frequency Check 10-m|(n
below): aggregation
) complies with
- voltage changlng IEC 61000-4-30
linearly from P1 to
P3 for 1 min in
duration, then
— linearly from P3 to
P1 for 1 min in
duration
1 min 2 min 3 min
7.2.4.4 2-h aggregation

When applicable, test shall be achieved according to the below table:
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No. Target of the test Testing points Complementary test Test criterion (if
according to Table 3 conditions test is applicable)
S2.7.1 Check 2-h aggregation It shall be checked that the 2-h aggregated value is provided by the
equipment under test.
7.3  Flicker

Tests shall be performed according to IEC 61000-4-15 testing requirements.

7.4  Supply voltage interruptions, dips and swells
NOTE Tther gurdance for testing 15 provided M ANMexX D and ANNeX E.
7.41 General requirements
No. Target of the test Testing points Complementary test Test critgria (if
according to Table 3 conditions test is applicable)
S4.1.1 Verify that the appropriate | P4 for frequency @ for This test does not For U,

Urms(1) or Urms(%) are
used.
If U " is used, check

rms( X
rms(%) are independently

synchronized on each
channel on zero crossing.

at least 15 s 9.

Voltage step should be
made on zero crossing.

require synchronized
generator.

- At inject@% Uy
interruption of
duration 2 cycles
followed by a step at
90\% Uy, and of 2
cycles, then a
steady state at 94 %
UV on channel 1.

in

— At#1 + 10 cycles +
1/3 cycle, apply the
same profile on
channel 2.

— At 1+ 20 cycles -
1/3 cycle, apply the
same profile on
channel 3.

See Figure 1 and
Figure 2.

. ms(1) |
implementation,
verify that the
Urms(1_) seqyence
contains at |east
one value op each
phase that has the
amplitude of the
interruption|injected
(within the
magnitude gccuracy
defined in
IEC 61000-4-30).

For U

rms(%2)

— check, for each
channel, jthat the
sequencg of
,Urms(%) in the

instrument

complies|to the
sequency

defined ip Figure
4;

— check time tag of
Urms (1) v+1)
on channel 1:
t1 + % cycle;

— check that time
tag of U, s (%)
(N+1)on
channel2]is

4 10 L

T

cycles £1/2cycle;

— check that time
tag of Uims ()

(N+1)on

channel 3 is

t1 + 20,5 cycles

+1/2cycle.
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No. Target of the test Testing points Complementary test Test criteria (if
according to Table 3 conditions test is applicable)
S4.1.2 Check amplitude and P5 for swells. P This test does not Check that all
duration accuracy a require a synchronized | durations and
requirement 9 P4 for frequency generator. amplitudes reported
. . on the dips/ swells/
The §|gnal change in interruption
amplitude to create. measurements
di_ps/swglls/interrupti(_)n comply with
will be simultaneous in IEC 61000-4-
time. 30:2015, 5.4.5.1
Test shall be achieved | (amplitude
with the following accuracy
durations: 1; 1,5; 2,5; requirement) and
10:- 30-and-450-cyclos- 5.4.5.2 (duration
’ 7 accuracy,
NOTE 1 For U, ¢ (1) requirement).
test points 1 and 1,5
are excluded.
See Figure 34 and
Figure 36 for signal
injection details, see
Figure 35, and Figure
37 for expected
sequence of, U, 1 (1/2).
For Uimns (1)‘
implementations, the
expected sequence is
dependent on the
b alignment of the U,
P3 for dips/int. Wwindow, which may not
P4 for frequency 2 be synchro_nized with
zero crossings.
S4.1.3 Check threshold P2 for swells P & This test does not Check the duration
- require synchronized accuracy cdmplies
P4 for frequency generator. with
IEC 61000-4-30:
P1 for swells * © The signal change in 2015, 5.4.5[2.
P4 for'flequency @ a_mplltude tc_) create _
dips/swells/interruption
R2,for dips/Int. P ¢ will be simultaneous in
time.
P4 for frequency 2@
- bo Test shall be achieved
P1 for dips/Int. with the following
P4 for frequency 2 duration: 2,5 cycles.
S4.1.4 || Check influente of mains P1 for frequency 2@ This test does not Check the duration
frequency, . b require a synchronized | accuracy cdmplies
P2 for dips/Int. generator. with
IEC 61000-4-30:
P3 for frequency ® The signal change in 2015, 5.4.5)2.
P2 for dips/Int. a_mplltude tc_) create _
dips/swells/interruption
will be simultaneous in
time.
Test shall be achieved
with the following
durations: 2 and 30
cycles.
S4.1.5 Check A test shall be carried out according to the requirements of 7.4.2 and

dips/interruptions/swells in
a polyphase system

7.4.3.
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No. Target of the test Testing points Complementary test Test criteria (if
according to Table 3 conditions test is applicable)
S4.1.6 Check sliding voltage 1) Configuration: select | See Figure 38. No dip should be
reference — Steady-state sliding reference detected.
operation voltage, dip threshold
setto 90 % U,
hysteresis = 2 % Uyin.
2) Inject steady-state
voltage at Uy, for at
least 5 min. Then
decrease voltage
amplitude to 95 % Uyin
for 5 min. Then to 87 %
Uygin for 5 min.
3) Inject dip of 5 cycles Verify that the
in duration at 50 % instrument'ils
Udgin- detecting a dip at
5755% U, o
NOTE 2 57,5 % =
50/87 x 100 %
S4.1.7 Check sliding voltage 1) Configuration: select | See Figure 39 The instrument
reference — Sliding sliding reference shall detect|an
reference start up voltage, dip threshold interruption|start.
condition set to 90 % Ugin,
hysteresis = 2 % Uyjp.
2) Turn on the
instrument with OV
injected at the voltage
inputs.
3) After 5 min + Verify that the
instrument boot up instrument has
time, inject voltage = detected an|end of
Udgin interruption
NOTE 3_\Fhe purpose
is to,check that the
sliding reference
voltage is built from an
initial value of Uy;,, not
refreshed until  the
voltage is applied.
2 Instruments intended toswork at 50 Hz shall use the figures provided in the line "Frequency 50 Hz"
in Table 3. Instruments intended to work at 60 Hz shall use the figures provided in the line "Frequency
60 HE" in Table 3. Instruments intended to work both at 50 Hz and 60 Hz shall use the figures provifled both
in line "Frequency €0\Hz" and in line "Frequency 60 Hz".
b Test|points P1,R2, P3, P4 and P5 as described in Table 3 and in IEC 61000-4-30:2015 Table D.1.
¢ Test|point.Pq-shall not be identified as a dip/swell, and testing points P2 shall be identified as a dip/qwell.
4 Recqmfnended value for threshold dip is 90 % U, , for swell threshold is 110 % U , hysteresis = 2 Yo.

din’ din’
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Volts Test signal: dip 60 %, 2,5 cycles

100

50

=50

-100

-150

6 Cycles
IEC

Figure 34 — Detail 1 of waveform for test of dipsiaccording to test $4.1.2

Volts 1/2 cycle RMS
120 """
e e Lt e
.
Y E— S R e o
e
) e R s S o
0 | | | | | |

0 1 2 3 4 5 6 Cycles

Figure 35 — Detail 2 of waveform for tests of dips according to test $4.1.2
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Figure 36 — Detail 1 of waveform for test of swells according to test S4.1.2

Figure 37 — Detail 2 of waveform for tests of swells according to test $4.1.2
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Figure 38 — Sliding reference voltage test
Udi{/v‘ """""""""""
Time
1EQ
Figure 39 — Sliding reference start-up condition
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7.4.2 Check dips / interruptions in polyphase system
No. Target of the test Testing points Complementary test | Test criteria (if test
according to Table 3 conditions is applicable)
S4.2.1 Check that dips and P4 for frequency for at |This test does not — If Urms(‘/z) is

interruptions are properly
detected in a polyphase
system, by applying a single
test with a 3-phase non
synchronous disturbance that
contains both a dip and an
interruption.

least 15 s.

Dip threshold = 90 %
U, hysteresis =2 %

din,
din.

Interruption threshold =

10 % Uy;,, hysteresis
=2 % Ugin,

Voltage steps should be

require a synchronized
generator.

— Begin the test with all
three phases set to

Udin.

— At ¢1 (synchronized to
zero crossing on
phase 1), inject 0 %
[ 00 phase 1

implemented,
check for each
channel that the
sequence of
_Urms(‘/z) in the
instrument
complies to the
sequence defined
in Figure 42.

made on zero crossing
for each phase.

— At 1+ 1cycle
(synchronized to zero
crossing on phase 2),
inject 0 % Uy;,, on
phase 2.

— At ¢2 (synchronized-to
zero crossing oh
phase 3), injeet’ 0" %
Ui, ON phase 3.

— At 13 (synchronized to
zero,Crossing on
phase’3), inject
100 % Uy, on phase
3.

— At 3 + 1cycle
(synchronized to zero
crossing on phase 2),
inject 100 % Uy, on
phase 2.

in

— At ¢4 (synchronized to
zero crossing on
phase 1), inject
100 % Uy, on phase
1.

See Figure 40, Figure 41
and Figure 42.

—CHeck-that the
polyphdse|dip
duration is| correctly
reported ap 6,5
cyclés (within the
timing accyracy
defined in
IEC 61000}-4-30).

— Check thaf the
polyphase
interruptio
duration is| correctly
reported ap 1,5
cycles (within the
timing accpracy
defined in
IEC 61000r4-30).

— Check thaf the
remaining fvoltage
for the dip
measurement is
correctly reported
as 0 % Uy}, (within

the magnitude

accuracy defined in

IEC 61000}-4-30).

=4
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Figure 40 — Detail 1 of waveform for test of polyphase dips/interruptions
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Figure 41 — Detail 2 of waveform for test of polyphase dips/interruptions
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Urms () Urms () Urms () Urms () Urms () Urms () Urms () Urms ()
N + N+ 2 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7
(start of (start of
dip) interrupt.)
Phase 1 100 70 0 0 0 0 0 0
Phase 2 100 100 100 70 0 0 0 0
Phase 3 100 100 100 100 100 70 0 0
B (O I T O i G s D i B e B
(nnd of (nnd of
interrupt.) dip)
Phase 0 0 0 0 0 70 100 100
Phase 2 0 0 0 70 100 100 100 100
Phase 3 0 70 100 100 100 100 100 100
IEC

Figure 42 — Detail 3 of waveform for test of polyphase dips/interruptions

7.4.3 Check swells in polyphase system
No. Target of the test Testing points Coniplementary test Test critgria (if
according to Table 3 conditions test is appjicable)
S4.3.1. Check that swells are P4 for frequency for at\| This test does not - If Ums(v) is

properly detected in a
polyphase system, by

applying a single test with a
3-phase non synchronous

swell injection.

least 15 s.

Swell threshold =

110 % Uy, hysteresis
=2% Uy,
Voltage steps should
be made on zero
crossing for each
phase.

require a synchronized
generator.

— Begin the test with
all three phases

setto Uy,

— At ¢1 (synchronized
to zero crossing on
phase 1), inject
130 % Uy;,, on
phase 1.

— At +1cycle
(synchronized to
zero crossing on
phase 2), inject
130 % Uy, on
phase 2.

— At + 2 cycles
(synchronized to
zero crossing on
phase 3), inject

implemenfted ,
check for|each
channel, that the
sequence of
_Urms('/z) in|the
instrument
complies ffo the
sequence defined
in Figure @4.

— Check that the
polyphas¢ swell
duration ip
correctly feported
as 6,5 cygles
(within the timing
accuracy [defined
in IEC 61p00-4-
30).

— Check that the
polyphas¢ swell
amplitudq is

130 % [ ~n correctly feported
din as 130 % U,
phase 3. (within the °"

— At 1+ 4 cycles magnitude
(synchronized to accuracy defined
zero crossings on in IEC 61000-4-
phase 1 and phase 30).

3), inject 100 %
Uyin ON both phase
1 and phase 3.

— At ¢3 (synchronized
to zero crossing on
phase 2), inject
100 % Uy;,, on
phase 2.

See Figure 43 and
Figure 44.
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]
] 1
Swell '5 — — !
amplitude ; i
l :
l :
g '
! : Swell threshold
] ]
) 1
Phase 2 ) :
Phase 1 . — ——————
Phase 3 ! :
¢ > DPOIYSWI = t3-11
) 1
Swell stlarts—//vi i
ot
: t3
IEC
Figure 43 — Detail 1 of waveform for test of polyphase{swells
Urms(‘/z) Urms(‘/z) Urms(‘/z) Urms(‘/z) Urms(‘/z) Urms(‘/z) Urms(‘/z) Urms(‘/z)
N N+1 N+ 2 N+3 N+ 4 N+'5 N+6 N+7
(start of
swell)
Phase 100 116 130 130 130 130 130 130
Phase 100 100 100 116 130 130 130 130
Phase $ 100 100 100 100 100 116 130 130
U U U & U U U L
Y2 Y2 V2 2 A A 2 2
NEg) NG NI JeNTY | NTYE | NTYE | TR VY
(end of
swell)
Phase 130 116 100 100 100 100 100 100
Phase 2 130 130 130 130 130 116 100 100
Phase $ 130 116 100 100 100 100 100 100
IEC
Figure 44 — Detail 2 of waveform for test of polyphase swells
7.5 Supply veltage unbalance
7.5.1 General

This test is identical to the one defined for class A, except on the accuracy performance
requirement. The assessment of zero sequence component (ug) is optional.

Use a 3-channel AC power source that meets or exceeds the following stability ratings under

reference conditions: £0,05 %.
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7.5.2 Measurement method, measurement uncertainty and measuring range
No. Target of the test Testing conditions Complementary test Test criteria (if
conditions test is applicable)
S5.1.1 Check accuracy of Connect a 3-channel N.A. Check if u, is
unbalance measurement AC power source and between 0 % and
adjust 0,3 %.
Channel 1 (L1 to N) to Check if u, is
100 % of Uy, between 0 % and
0,3 %, if evaluated.
Channel 2 (L2 to N) to o T evalu
100 % of Uy,
Channel 3 (L3 to N) to
100 % of Uy,
S5.1.2 | Check accuracy of Connect the 3- N.A. Check if u,|is
unbalance measurement channel AC power between4,¥5 %
source and adjust and\5,35 %l
Channel 1 (L1 to N) to Check if uyfis
73 % of Usin between 4,75 %
and 5,35 %, if
Channel 2 (L2 to N) to evaluated.
80 % of Uy,
Channel 3 (L3 to N) to
87 % of Uy,
S5.1.3 | Check accuracy of Connect the 3- N.A. Check if u,|is
unbalance measurement channel AC power between 4,65 %
source and adjust and 5,25 %
Channel 1 (L1 to N) to Check if ug|is
152 % of Uy, between 4,65 %
and 5,25 %, if
Channel 2 (L2 to N)'to ovaluated |
140 % of Uy,
Channel 3 (L3 to N) to
128 % of Ugih
S5.1.4 | Check accuracy of Connect*a 3-channel N.A. Check if u,|=
unbalance measurement ACxpower source and 2,47 % £ 015 %
with phase displacement adjust d aboo
ith a 4-wi t . and u, = 4,p2 % +
Wwith a 4-wire system Channel 1 (L1 to N) to 0.15 %, if
100 % of Uy, 0° evaluated
Channel 2 (L2 to N) to
90 % of Uy, —122°
Channel 3 (L3 to N) to
100 % of Uy, +118°
7.5.3 Aggregation
It shall be~verifiedthat-the—aggregated—values—areprovided-bythe—equipmentundertest. An
accuracy test of the aggregated values is not required

7.6 Voltage harmonics

7.6.1 General

The manufacturer shall specify if the implementation of aggregation uses gapless or gapped

10/12-cycle data intervals.

e Gapless implementation will be tested with test S6.1.1.

Gapped implementation will be tested with test S6.1.2.

The manufacturer shall specify if the implementation of 10/12-cycle data uses groups (Ug_h) or

subgroups of harmonics (Ugg 1,)-
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e Subgroup implementation will be tested with test S6.1.3.

e Group implementation will be tested with test S6.1.4.

7.6.2

Each test shall last at least 10 s.

Measurement method

No. Target of the test Testing points Complementary test Test criterion (if
according to Table 3 conditions test is applicable)

S6.1.1 If the manufacturer has A test shall be carried out according to the requirements of Annex F
implemented a gapless
measurement method:
check thatthe TorT2-cycie
measurement intervals are
gapless and non-
overlapping

S6.1.2 | If the manufacturer has Apply reference S2 for frequency Test the time tag,
implemented a gapped conditions (including a | (50/60Hz) the sequente
measurement method: constant fundamental number and the

component), and add voltage magnitude
check that at least one varying voltage of the 10/12-cycle
10/12-cycle value is harmonic content as blocks for the 3"
calculated every 50/60 described: harmonic.
cycles
— start at P2 for Verify that:
harmonics (10 % on
the 39 harmonic); - 10/12-cycle
intervalg are
— ramp the harmonic consistgntly
content down by providedl at a
1 %/s until it minimuin rate
reaches 0 %; of one ger
ramp the harmonic second
con_te_nt up\by 1 %/s :2;?;ughout the
until it reaches P2;
— the 10/12-cycle
- repeat. intervals show
Apply this test signal at least|10
for a minimum of 10 unique yalues
min (to ensure that between 0 %
larger gaps are not and 10 % for
seen during 10 min every ramping
aggregation period;
calculations). — the seqqence of
10/12-cycle
intervalp show
values that
repeat gvery
20 s.

S6.1.3 | Ifthe/manufacturer has Apply reference N.A. TC10/12(unc)-harm
implemented harmonic conditions, plus P1 for for the 2nd
SUbgroup measurement farmonics (verify basic harmontc (2"
(Usg,h): subgroup harmonic is

0,
Check that the 10/12-cycle measurement). present at 5 %).
measurements use the Apply reference N.A. TC10/12(unc)-harm
harmonic subgroup conditions, plus P1 for for the 2"¢
measurement (Usg.h) from interharmonics harmonic (no
IEC 61000-4-7. (eliminate incorrect significant content
use of U_ ) detected).
g,h
Apply reference N.A. TC10/12(unc)-harm
conditions, plus S4 for for the 2nd
interharmonics harmonic (2"
(eliminate incorrect harmonic is
use of Ug) present at 4 %).
S6.1.4 | If the manufacturer has Apply reference N.A. TC10/12(unc)-harm

implemented harmonic

group measurement (Ug’h):

Check that the 10/12-cycle

conditions, plus P1 for
harmonics (verify basic
group measurement).

for the 2nd
harmonic (2"
harmonic is
present at 5 %).
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No. Target of the test Testing points Complementary test Test criterion (if
according to Table 3 conditions test is applicable)
measurements use harmonic | aAppjy reference N.A. TC10/12(unc)-harm
group measurement (U ;) conditions, plus S4 for for the 2nd
from IEC 61000-4-7. interharmonics harmonic (2"
(eliminate incorrect harmonic is
use of Uq or Usg’h). presenF at
approximately
7,2 %).

S6.1.5 | Check that measurements N.A. N.A. Verify that at least
are made at least up to the 40 harmonics are
40t order. provided by the

device.

8616 :I‘ tUtG: hGIIIIUII;b dIOtUItIUII IO I"\\'J'J:y IUI‘UIUII\;U Ik‘!l.ll'\\. TC1SSII1SO UnC)-
calculated, and if the conditions plus P5 for thd (signifiqant
manufacturer has harmonics distortion
implemented harmonic detected).
subgroup measurement
(U ) Apply reference N.A. TC150/180({unc)-

sg.h conditions plus P5 for thd (no significant
Check that it is the subgroup | interharmonics distortion
total harmonic distortion detected).
(THDS) from IEC 61000-4-7.

S6.1.7 | Check that a crest factor of Apply reference N.A. TC150/180{unc)-
at least 2 is supported by conditions plus S1 for harm for allf 40
the device. harmonics (crest harmonics.

factor of 2).

S6.1.8 | Check that a properly @ Apply reference NCA TC150/180{unc)-
designed anti-aliasing filter conditions plus 10 % harm for alll 40
is used on the device, of Uyin at 75,0 x the harmonics {no
providing (in combination fundamental aliasing defected).
with oversampling) frequency.
attenuation of all
frequencies above the 40t Apply reference N.A. TC150/180{unc)-
harmonic exceeding 50 conditions plus 10 % harm for alll 40
dB. b of Ugin at(?50,0 x the harmonics {no

fundamental aliasing defected).
frequency.

Apply reference N.A. TC150/180({unc)-
conditions plus 10 % harm for all| 40

of Uyin at 501,0 x the harmonics {no
fundamental aliasing defected).
frequency.

a8 Only|three mandatory anti-aliasing test points are defined here to simplify the minimum testing requirement.

However, depending on_the sampling rate and filter characteristics of the device under test, other|spectral
contgnt may be required to properly evaluate the operation of an anti-aliasing filter. The test lab appllying this
procedure may additionally choose to apply a set of broad spectrum signals as a more exhaustive tefst of the
anti-pliasing filter,susing a network analyser or other similar equipment.

b This|test only applies if the manufacturer has chosen to implement the optional anti-aliasing filter.

7.6.3 Measurement method, measurement uncertainty and measuring range
7.6.3.1 Measurement uncertainty and measuring range

Each test shall last at least 10 s.
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No. Target of the test Testing points Complementary test Test criterion (if
according to Table 3 conditions test is applicable)

S6.2.1 Check measuring Reference conditions N.A. TC150/180(unc)-
uncertainty — single even plus P1 for harmonics harm for applicable
harmonic harmonics

S$6.2.2 | Check measuring Reference conditions N.A. TC150/180(unc)-
uncertainty — single odd plus P2 for harmonics harm for applicable
harmonic harmonics

S$6.2.3 | Check measuring Reference conditions N.A. TC150/180(unc)-
uncertainty — single high plus P3 for harmonics harm for applicable
harmonic harmonics

S6.2.4 | Check measuring range — Reference conditions N.A. TC150/180(unc)-
minimum harmanic plus P4 for harmaonics harm for applicable
magnitudes harmonigs

S6.2.5 | Check measuring range — Reference conditions N.A. TC150/180(func)-
maximum harmonic plus P5 for harmonics harm for applicable
magnitudes harmonics

The 150/180-cycle values are selected for these tests for ease of data extraction, asCit\will be necefssary to

extract measurement data for all 50 harmonics, and this is easier to do in a 3-s window\than in a shorter|one.

7.6.3.2 Variations due to single influence quantities
Each test shall last at least 10 s.
No. Target of the test Testing points Complementary test Test criterion (if
according to Table 3\ conditions according | test is appjicable)
to Table 4

S$6.3.1 | Check influence of Reference conditions S1 for frequency TC150/180(junc)-
frequency on measurement plus P1 for harmonics | (lowest frequency) harm for all{40
uncertainty (lowest harmonic harmonics

order)

Refefence conditions S3 for frequency TC150/180(func)-
plus-P3 for harmonics | (highest frequency) harm for all|40
(highest harmonic harmonics
order)

S6.3.2 | Check influence of voltage Reference conditions S1 for voltage TC150/180(func)-
magnitude on measurement plus P2 for harmonics | magnitude (lowest harm for all|40
uncertainty bound) harmonics

Reference conditions S3 for voltage TC150/180(unc)-
plus P2 for harmonics | magnitude (highest harm for all|40
voltage) harmonics

The 150/180-cycle-values are selected for these tests for ease of data extraction, as it will be necessary to

extract measurement data for all 40 harmonics, and this is easier to do in a 3-s window than in a shorter|one.

7.6.4 Measurement evaluation

Not applicable.

7.6.5 Measurement aggregation

7.6.5.1 10/12-cycle with 10 min synchronization

Each test shall last at least 11 min, and shall contain at least two consecutive RTC 10-min
ticks.
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No. Target of the test Testing points Complementary test Test criterion (if
according to Table 3 conditions test is applicable)
S6.4.1 Check aggregation overlap 1 | Reference conditions f=49,99 or 59,99 Hz Test the time tag,

plus P2 for harmonics

Test duration = 11 min

and the sequence
number of blocks
for the 3rd
harmonic.

Resynchronization
with the 10 min tick
is permitted but not
required.

10-min tick should occur in the middle of the 10/12-cycle time interval number 3000.

NOTE p9,99 Hz=1(2999,57600) x 12; 49,99 Hz = (2999,57600) x 10
7.6.5.2 150/180-cycle aggregation with 10-min synchronization
Each tept shall last at least 11 min, and shall contain at least two consecutive RT( 10-min
ticks.
No. Target of the test Testing points Compleméntary test Test critefion (if
according to Table 3 conditions test is appricable)
S6.5.1 If the manufacturer has Maintain reference f=150,%25 Hz TC150/180(|unc -
implemented a gapless conditions (including a | (covéring 50 Hz) or harm for thg 3"
measurement method: constant fundamental 60,15 Hz (covering harmonic, wWith
component), and add 60 Hz) depending on correct aggfegation
check gapless 150/180- varying harmonic manufacturer of all of the|gapless
cycle aggregation. content as describéd:’ | selection. 10/12-cycle|values.
— start at P2 for Resynchronfization
harmonics; with the 10 min tick
) is permitted| but not
— ramp.the, harmonic required.
content down by
1 %/s until it
reaches 0 %;
= ramp the harmonic
content up by 1 %/s
until it reaches P2;
— repeat.
S6.5.2 | If the manufacturer,has Maintain reference f=50,125 Hz TC150/180(func)-

implemented a.gapped
measurement:method:

check thiatya minimum of
three10/12-cycle values is
used in each 150/180-cycle
interval

conditions (including a
constant fundamental
component), and add
varying harmonic
content as described:

— start at P2 for
harmonics;

(covering 50 Hz) or
60,15 Hz (covering
60 Hz) depending on
manufacturer
selection.

harm for thg 3"
harmonic, with
correct aggfegation
of all of the
reported 10f12-
cycle values (it is
already proyen in
test-no—S6-1.2 that

— ramp the harmonic
content down by
1 %/s until it
reaches 0 %;

— ramp the harmonic
content up by 1 %/s
until it reaches P2;

— repeat.

at least three
values are reported
every 150/180-
cycle interval).

Resynchronization
with the 10 min tick
is permitted but not
required.

10-min tick should occur in the middle of the 150/180-cycle time interval number 201.

NOTE 50,125 Hz = (200,5/ 600) x 150; 60,15 Hz = (200,5 / 600) x 180
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7.6.5.3 10 min aggregation
Each test shall last at least 11 min, and shall contain at least two consecutive RTC 10-min
ticks.
No. Target of the test Testing points Complementary test Test criterion (if
according to Table 3 conditions test is applicable)
S6.6.1 | Check 10-min aggregation Maintain reference f=49,99 or 59,99 Hz TC10 min(unc)-
conditions (including a | Test duration = 11 min | harm for the 3™
constant fundamental harmonic, with
component), and add correct aggregation
varying harmonic of the 10/12-cycle
content as described: values based on
the block sequence
= Sldall dal .'-'A 10T numbers
harmonics;
— ramp the harmonic
content down by
1 %/s until it
reaches 0 %;
— ramp the harmonic
content up by 1 %/s
until it reaches P2;
— repeat.
10-min tjck should occur in the middle of the 10/12-cycle time interval number 3000.
NOTE p9,99 Hz = (2 999,5/600) x 12; 49,99 Hz = (2 999,5 / 600) « 10
7.6.5.4 2-h aggregation

When applicable, the test shall be carried outiaccording to the table below:

No. Target of the test Testing points Complementary Test criterjon (if
according to Table 3 test conditions test is appljcable)
S6.7.1 Check 2-h aggregation It'shall be checked that the 2-h aggregated value is provided by the
equipment under test.
7.7 Vpltage interharmonics
If the manufacturer-implements interharmonics, then it shall specify the method and the

accuracly performance. The test will verify the availability of the data and its gccuracy
g to thesmanufacturer's specification.

ains signalling voltages on the supply voltage

accordir
7.8 M
7.8.1

General

If the manufacturer implements mains signalling voltage, then it shall specify the method and
the accuracy performance. The test will verify the availability of the data and its accuracy
according to the manufacturer's specification.
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7.8.2 Measurement method

No. Target of the test Testing points Complementary test Test criterion (if
according to Table 3 conditions test is applicable)
S8.1.1 Verify that the user can N.A. N.A. Product allows the

user to configure
monitored carrier
frequencies
according to the
manufacturer
specification.

specify the carrier frequency
to monitor, according to the
manufacturer's specification.

7.8.3 Measurement uncertainty and measuring range

7.8.3.1 Uncertainty under reference conditions
Not applicable.

7.8.3.2 Measurement evaluation

Not applicable.

7.8.4 Aggregation

Not applicable.

7.9 Measurement of underdeviation and overdeviation parameters

Not requiired for class S instruments.

7.10 Flagging

The tesis requirements are identical tothose defined for class A for the applicable parameters.



https://iecnorm.com/api/?name=a98f3c221ce0f038ffbe19a59a7b3e28

-100 - IEC 62586-2:2017 © IEC 2017
No. Target of the test Testing points Test criteria (if test is applicable)
S$10.1.1 Flagging in polyphase Dip: 70 % of Ugjn, 1 Each of the parameters listed below is
system caused by voltage channel, L2, flagged within each of the corresponding
dipfor Py, flicker Duration: 100 ms measurement intervals that contain the
dip/swell/interruption (as illustrated in
Figure 18):
— flicker (2-h Py,).
S$10.1.2 Flagging in polyphase Dip: 70 % of Ugjn, 1 Each of the parameters listed below is
system caused by voltage channel, L2. flagged within each of the corresponding
dip @ Duration: 100 ms. measurement intervals that contain the
. dip/swell/interruption (as illustrated in
S10.1.3 Flagging in polyphase Swell: 120 % of Uyin, Figure 18):
system caused by voltage 2 channels, L1 + L3.
swell @ Duration: 100 ms — power frequency (10 s):
$10.1.4| | Flagging in polyphase Interruption: 0 % of — voltage magnitude (10/12-cygle,
system caused by voltage Ugin» 3 channels, 150/180-cycle, 10 min);
interruption 2@ L1+ L2+ L3. _ ; ; .
Duration: 100 ms. flicker (10 min Pg);
— supply voltage unbalahce (10/12{cycle,
150/180-cycle, 10/min);
— voltage harmonics (10/12-cycle,
150/180-cycle} 10 min);
— voltage interharmonics (10/12-cyfle,
150/180<cycle, 10 min);
— mains signalling (10/12-cycle)
< ‘yunderdeviation and overdeviatior| (10/12-
cycle, 150/180-cycle, 10 min).
The 100Fms dip/swell/interruption shall begin and end within¢the*same 10/12-cycle interval, and within the same
10 second interval for frequency.
The test|should last 6 h, because three 2-h aggregations.should be evaluated.
a8  For instruments using the polyphase approach @ccording to IEC 62586-1, the flag is applied to all measured

phases. For instruments using the channell\by channel approach according to IEC 62586-1, the flag is

appl
NOTE

See explanation in Figure 45 below;

ed only to the phase(s) containing the dip/swell/interruption event.
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Figure 45 — Flagging test for class S

7.11 Clockuncertainty-testing

The test requirements are identical to those defined for class A, except for the maximum drift
allowed.
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No. Target of the test Test procedure

S11.1.1 Check clock uncertainty 1) Verify that the instrument is operating with clock synchronization
(check device status).

2) Inject a fixed-duration interruption with a synchronized signal
generator and note the start time of the interruption T1start.

3) Verify that the instrument has detected an interruption and note
the measured start time (reading) T1start_mes. Check the
accuracy of T1 start_mes is T1start + 1 cycle.

4) Disconnect or disable the synchronization and leave the
instrument measuring for at least 24 h.

NOTE 1 During that time, the device is available to be used for tests
not requiring synchronization.

5) Inject a fixed-duration interruption with a synchronized signal
generator and note the start time of the interruption~I2stgrt.

6) Verify that the instrument has detected an interruption and note
the measured start time (reading) T2start_mes.

7) Verify the clock uncertainty:
Modulus(T2start — T2start_mes) <
(T2start — T1start) x 5/ (3600 x 24)(

See Figure 46.

NOTE 2| The injected interruptions 2) and 5) will have arbitrary durations (e.g* 1 s).

NOTE 3| T1start_mes and T2start_mes have a resolution of +20ms.

' .
: Generator interrupt ,| Generator interrupt
: T1start ; T2start
' i
! .
1 1
! !
_—— = |

|

|
)

& ¥
vl I

Instrument reading
TTstari_mes v

T2start_mes

IEC

Figure 46 — Clock uncertainty testing

7.12 Variations due to external influence quantities

7.12.1 General

The test requirements are identical to those defined for class A.

The variations shall only be checked for frequency measurements and for voltage
measurements.
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Influence of temperature

Each test shall last at least 1 min.

No.

Target of the test

Testing points
according to Table 3

Complementary test
conditions according to
Table 5

Test criterion (if test is
applicable)

§$12.1.1

Check influence of low
temperature

P1 for frequency 2

ET1

Measurement value will
be used for further
calculation. Check each
10-s measurement
complies with the limits
(e.g. Figure 2 of

IEC 62586-1:2013).

P2 for frequency @

ET1

Measurementivdlue will
be used forlfurtier

calculation.\Chefk each
10-s measureme¢nt

complies with the limits
(elgy Figure 2 of]
MEC 62586-1:2013).

P3 for frequency 2

ET1

Measurement vdlue will
be used for further

calculation. Chefk each
10-s measuremgnt

complies with the limits
(e.g. Figure 2 of]
IEC 62586-1:2013).

P1 for voltage magnitude

ET1

Check each 10/12-cycle
measurement cqmplies
with the limits.

P3 for voltage magnitude

ET1

Check each 10/12-cycle
measurement cqmplies
with the limits.

P5 for voltage.magnitude

ET1

Check each 10/12-cycle
measurement cqmplies
with the limits.

Clock-uncertainty (check
drift\on’ an 8-h duration)

ET1

Less than 1 667 |ms.

$12.1.2

Check influence of worst
case temperature

P4-for frequency 2

ET2

Measurement vdlue will
be used for furtier

calculation. Chefk each
10-s measureme¢nt

complies with thg limits
(e.g. Figure 2 of]
IEC 62586-1:2013).

P2 for frequency 2

ET2

Measurement vdlue will
be used for furtier
calculation. Chefk each
10-s measureme¢nt

comphes—with-the limits
(e.g. Figure 2 of
IEC 62586-1:2013).

P3 for frequency 2

ET2

Measurement value will
be used for further
calculation. Check each
10-s measurement
complies with the limits
(e.g. Figure 2 of

IEC 62586-1:2013).

P1 for voltage magnitude

ET2

Check each 10/12-cycle
measurement complies
with the limits.

P3 for voltage magnitude

ET2

Check each 10/12-cycle
measurement complies
with the limits.
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Target of the test

Testing points
according to Table 3

Complementary test
conditions according to
Table 5

Test criterion (if test is
applicable)

P5 for voltage magnitude

ET2

Check each 10/12-cycle
measurement complies
with the limits.

Clock uncertainty (check
drift on an 8-h duration)

ET2

Less than 1 667 ms.

§$12.1.3

Check influence of high
temperature

P1 for frequency 2

ET3

Measurement value will
be used for further
calculation. Check each
10-s measurement
complies with the limits
(e.g. Figure 2 of

IEC 62586-1:2013).

P2 for frequency 2

ET3

Measurement vdlue will
be used forfurther
calcutlation. Chefk each
10-s méasuremgnt
complies with the limits
(e7g. Figure 2 of]

[EC 62586-1:2013).

P3 for frequency 2

ET3

Measurement vdlue will
be used for furtier

calculation. Chefk each
10-s measuremgnt

complies with thg limits
(e.g. Figure 2 of]
IEC 62586-1:2013).

P1 for voltage magnitude

ET3

Check each 10/12-cycle
measurement cqmplies
with the limits.

P3 for voltage magnitirde

ET3

Check each 10/12-cycle
measurement cqmplies
with the limits.

P5 for voltage magnitude

ET3

Check each 10/12-cycle
measurement cqmplies
with the limits.

Clock uncertainty (check
drift on an 8-h duration)

ET3

Less than 1 667 |ms.

a

Instru
Instru
Instru
"Freq

Iments intended to,wark at 50 Hz shall use the figures provided in the line "Frequency 50 Hz" in
Iments intended to\work at 60 Hz shall use the figures provided in the line "Frequency 60 Hz" ir]
ments intended\'to work both at 50 Hz and 60 Hz shall use the figures provided both in
bency 50 Hz" and in the line "Frequency 60 Hz".

Table 3.
Table 3.
the line



https://iecnorm.com/api/?name=a98f3c221ce0f038ffbe19a59a7b3e28

IEC 62586-2:2017 © |IEC 2017

7.12.3

- 105 -

Influence of power supply voltage

No.

Target of the test

Testing points
according Table 3

Complementary test
conditions according
to Table 5

Test criterion (if test
is applicable)

$12.2.1

Check influence of low
power supply voltage

P1 for frequency 2

EV1

Measurement value
will be used for further
calculation. Check
each 10-s
measurement
complies with the
limits.

P2 for frequency 2@

EV1

Measurement value
will be used for further

salculation—Chec

each 10-s

measurement
complies.with fhe
limits:

P3 for frequency 2

EV1

Measurement yalue
wil be used fof further
calculation. Chleck
each 10-s
measurement
complies with the
limits.

P1 for voltage
magnitude

EV1

Measurement yalue
will be used fof further
calculation. Chleck
each 10/12-cygle
measurement
complies with fhe
limits.

P3 for voltage
magnitude

EV1

Measurement yalue
will be used fof further
calculation. Chleck
each 10/12-cygle
measurement
complies with fhe
limits.

P& for voltage
magnitude

EV1

Measurement yalue
will be used fof further
calculation. Chleck
each 10/12-cygle
measurement
complies with fhe
limits.

$12.2.2

Check.infltence of
high.power supply
voltage

P1 for frequency 2@

EV2

Measurement yalue
will be used fof further
calculation. Chleck
each 10-s
measurement

1i ith
complies wi he

limits.

P2 for frequency 2@

EV2

Measurement value
will be used for further
calculation. Check
each 10-s
measurement
complies with the
limits.

P3 for frequency 2@

EV2

Measurement value
will be used for further
calculation. Check
each 10-s
measurement
complies with the
limits.
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No. Target of the test Testing points Complementary test Test criterion (if test
according Table 3 conditions according is applicable)
to Table 5
P1 for Voltage EV2 Measurement value
magnitude will be used for further
calculation. Check
each 10/12-cycle
measurement
complies with the
limits.
P3 for Voltage EV2 Measurement value
magnitude will be used for further
calculation. Check
each 10/12-cycle
|||vaawv|||v||t
complies with the
limits.
P5 for Voltage EV2 Measurement yalue
magnitude will'be used fof further
¢alCulation. Check
each 10/12-cygle
measurement
complies with tfhe
limits.
a8 Instruments intended to work at 50 Hz shall use the figures providéd’,in the line "Frequency 50 Hz"
in Table 3. Instruments intended to work at 60 Hz shall use the figres provided in the line "Frequency
60 HE" in Table 3. Instruments intended to work both at 50 Hz and 60(Hz shall use the figures provi¢led both
in the line "Frequency 50 Hz" and in the line "Frequency 60 Hz".
7.13 Rapid voltage changes
Requirements specified in 6.13 shall apply.
7.14 Magnitude of current
The tesft procedure specified in 7.2 shall be used (while replacing "voltage magnitude" by
"magnitude of current") in conjunction with the applicable test points specified in Table 3 and
Table 4
7.15 Harmonic current
The test procedure specified in 7.6 shall be used (while replacing "voltage magnitude" by
"magnituide of current”) in conjunction with the applicable test points specified in Table 3 and
Table 4
7.16 Interharmonic currents

The test procedure specified in 7.7 shall be used (while replacing "voltage
"magnitude of current") in conjunction with the applicable test points specified

Table 4.

717 C

7.17.1

urrent unbalance

General

magnitude" by
in Table 3 and

This test is identical to the one defined for class A, except on the accuracy performance
requirement. The assessment of the zero sequence component () is optional.

Use a 3-channel AC power source that meets or exceeds the following stability ratings under
the reference conditions: voltage +0,02 %, phase angle £0,02°.

NOTE 1

Reference conditions for PQI are defined in IEC 62586-1.
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NOTE 2

below 5A.
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If 7 is specified above 5A, the phase current can be chosen in the range of 20 % to 100 % [, but not

7.17.2 Measurement method, measurement uncertainty and measuring range

No. Target of the test Testing conditions Complementary test |Test criterion (if test
conditions is applicable)
S17.1.1 |Check uncertainty of Connect a 3-channel AC|N.A. Check if i; and i, are
unbalance measurement power source and adjust between 0 % and
e Channel 1to 0,55 %.
100,2 % of 7,
0,00°,
. Channel 2 to
99,9 % of I,
-120,00°,
. Channel 3 to
99,9 % of I,
120,00°.
S17.1.2 |Check uncertainty of Connect the 3-channel [N.A. Check if i; and i, are
unbalance measurement AC power source and between 4,6|% and
adjust 5,5 %.
e Channel 1 to
110 % of 1., 0,00°,
. Channel 2to 95 %
of 1., -120,00°,
. Channel 3 to 95 %
of 7., 120,00°.
S17.1.3 |Check uncertainty of Connect the 3-channel \}N.A. Check if i apd i, are
unbalance measurement AC power source and between 17,8 % and
adjust 18,3 %.
. Channel ¥ to
100 % of,, 0,00°,
. Channel 2 to
100°% of 1,
=150,00°,
o Channel 3 to
100 % of 7, 90,00°.
S17.1.4 |Check uncertainty of Connect the 3-channel |N.A. Check if iy apd i, are
unbalance measurement AC power source and between 4,5|% and
adjust 5,5 %.
. Channel 1 to 55 %
of 7., 0,00°,
. Channel 2 to
47,5 % of I,
-120,00°,
. Channel 3 to
475 % of I
120,00°.
S17.1.5 [Check uncertainty of Connect the 3-channel [N.A. Check if i is between

unbalance measurement

AC power source and
adjust

e Channel 1t0 105 %
of 1, 0,00°

e Channel 2 to
97,5 % of I, -
120,5°

e Channel 3 to
97,5 % of 1, 120,5°

1,8 % and 2,2 %

Check if iy is between
2,8 % and 3,2 %
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culation of measurement uncertainty and operating uncertainty

Measurement uncertainty and operating uncertainty are defined in Annex A.

Measurement and operating uncertainty of magnitude of supply voltage, and measurement
and operating uncertainty of frequency shall be calculated taking into account uncertainty test
results on:

e intrinsic uncertainty,

e variations due to influence quantities.

The ca

culations for measurement and operating uncertainty for voltage magniti

de and

frequen
voltage
influenc
found ir]
shall no

magnitude, voltage magnitude and harmonics for frequency) and two

I exceed the limits given in Table 8.

Cy shall take into account two single influence quantities (frequency and harmanics for

external

e quantities (temperature and power supply in both cases). Further guidancel can be
the calculation examples in Annex C. The resulting values for operating ungertainty
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Table 16 — Uncertainty requirements

Requirement For devices complying with class A as For devices complying with class S as
according to defined in IEC 61000-4-30 defined in IEC 61000-4-30
calculation defined - - - ;
in Annex C Maximum Maximum Maximum Maximum
uncertainty for uncertainty for uncertainty for uncertainty for
magnitude of frequency at 50Hz magnitude of frequency at 50Hz
supply voltage and 60 Hz supply voltage and 60 Hz

Calculation 1 for 0,1 % of Uy, £10 mHz ® +0,5 % of Uy, © 50 mHz ¢

measurement din din

uncertainty

Calculation 2 for +0,2 % of Uy, ® +20 mHz | +1,0 % of U, 9 +100 mHz "

operating n n

uncertainty' (within

temperafure range

0 °C to 445 °C)

Calculatjon 3 for +0,3 % of Uy, © +30 mHz f +1,5 % of Uy, 9 +150\mHz N

operating

uncertaipty

(outside|0 °C to

+45 °C gnd within

rated range of

operatioh)

@ For this calculation, intrinsic uncertainty will be defined as the worst uncertainty calculated in|6.2.2.1
varidtions will be defined as the worst uncertainties calculated in each of.thé€ tests specified in 6.2.2.2.

b For this calculation, intrinsic uncertainty will be defined as the wofst uncertainty calculated in §.1.3.1,
varidtions will be defined as the worst uncertainties calculated in €ach of the tests specified in 6.1.8.2.

¢ For this calculation, intrinsic uncertainty will be defined ashevworst uncertainty calculated in 7..2.2.1,
varigtions will be defined as the worst uncertainties calculated‘in each of the tests specified in 7.2.2.2.

4 For this calculation, intrinsic uncertainty will be defined™as the worst uncertainty calculated in 7.1.3.1
varidtions will be defined as the worst uncertainties cafculated in each of the tests specified in 7.1.8.2.

€ For this calculation, intrinsic uncertainty will be defined as the worst uncertainty calculated in §.2.2.1,
varidtions will be defined as the worst uncertainties calculated in each of the tests specified in [6.2.2.2,
6.12|2 and 6.12.3.

f For this calculation, intrinsic uncertainty (will be defined as the worst uncertainty calculated in d.1.3.1,
varigtions will be defined as the worst ‘uncertainties calculated in each of the tests specified in [6.1.3.2,
6.12|2 and 6.12.3.

9 For this calculation, intrinsic unCertainty will be defined as the worst uncertainty calculated in 7.2.2.1,
varidtions will be defined as the“worst uncertainties calculated in each of the tests specified in [7.2.2.2,
7.12|2 and 7.12.3.

P For this calculation, intrinsic uncertainty will be defined as the worst uncertainty calculated in 7.1.3.1,
varidtions will be defined as the worst uncertainties calculated in each of the tests specified in [7.1.3.2,
7.12|2 and 7.12.3.

" For products comptying with IEC 62586-1, this test is applicable to PQl-x-FI1, -FI2, -FO, -PI and -PO

I For products™¢omplying with IEC 62586-1, this test is applicable to PQI-x-FI1, -FO and -PO byt is not

appl

cable to"\PQI-x-FI12 or -PI.
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Annex A
(normative)

Intrinsic uncertainty and operating uncertainty,

A.1 General

The overall uncertainty of a PQl is defined by a specification of:

— uncertainty limits over a measuring range

— rnnvimum deviationa H=Y tho nracaoan~a af infliian~in~ anantiticoc (noAor S Stem
TXTTTITOTTT TCVvVTatroTTs T L3 B A~ PTCOSCTTICCT OT LLRLRACASRRASRRAY) JooaTratic s \NSATAAASAl y

parameters or external conditions).

This anhex provides guidance on the calculation of measurement uncertainty’ and operating
uncertainty.

Figure A.1 below gives the different kinds of uncertainties.

Uncertainty including variations
due to external influence
quantities (temperature, ...)

Uncertainty including
variations due to
power system electrical

parameters (harmonics, ...)

Operating uncertainty
(See IEV and IEC 60359)

Uncertainty
under-reference
conditions

Measurement uncertainty
(See IEC 61000-4-30)

Intrinsic uncertainty
(See IEV and IEC 60359)

IEC

Figure A.1 — Different kinds of uncertainties

A.2 Measurement uncertainty
This is the uncertainty as defined in IEC 61000-4-30.

Measurement uncertainty shall include intrinsic uncertainty under reference conditions and
the maximum variation value due to relevant single influence quantities.
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A.3 Operating uncertainty

Operating uncertainty shall include intrinsic uncertainty under reference conditions, the
maximum variation value due to relevant single influence quantities and the maximum
variation value due to relevant external influence quantities.

Operating uncertainty =

N M
\/(Intrinsic uncertainty)2 + %Z(variation due to single influence quantity)2 + %Z(variation due to external influence quantity
i=1 i=1

1

)2

where

N is the number of relevant single influence quantities and
M is the number of relevant external influence quantities.

NOTE This formula is derived from 7.22 of ISO/IEC Guide 98-3:2008, taking into account a‘coverage probability
of 95 %.
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Annex B
(informative)

Overall system uncertainty

Overall system uncertainty shall include operating uncertainty, uncertainty due to impedance
of wires and uncertainty due to sensors.

The formula given below is a simplified approach:

where
N is th

NOTE 1
are used.

NOTE 2
of 95 %.

[ A
¥

Dverall system uncertainty = J(Operating uncertainty)2 + %Z(sensor uncertainty + wiring uncertainty)2
i=1

e number of kind of external sensors (voltage or current).

N =1 when only a current (or voltage) sensor is used, N = 2 when a currept_ sensor and a volta

This formula is derived from 7.22 of ISO/IEC Guide 98-3:2008, taking<into account a coverage |

pe sensor

robability
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Annex C
(normative)

Calculation of measurement and operating uncertainty
for voltage magnitude and power frequency

C.1 Selection of test points to verify operating uncertainty and uncertainty
under reference conditions

For each relevant power quality parameter, the manufacturer shall identify the test points
having ghe—greatest—unecertainty—under—reference—conditons—and—the—test—peoints—or single
influence quantities having the greatest variation to be used for the calculation accgrding to
Annex ¢.

To verify compliance with this document, it is sufficient that external test daboratorie$ and/or
facilitieg (third-party test labs) have verified the manufacturer-identified-test points jand the
associated calculations for uncertainty.

Aggregdtions shall be tested separately.

NOTE Il case of doubt, the manufacturer can present the whole summary\of type tests to the test house
C.2 (lass A calculation examples

C.2.1 General

The follpwing clauses specified both for the\nragnitude of supply voltage and for frequency
are baged on Table 9. For each, the. 3,'steps of calculation are necessary to| assess
uncertainties.

C.2.2 Parameter: magnitude of'supply voltage, Uy;, = 230 V, 50/60Hz, rated range of
temperature -25 °C to +55 °C

C.2.21 Calculation 1 tordetermine the measurement uncertainty according to
IEC 61000-4¢30

Test voltage levels_RJ1, P3, and P5 according to Table 3 of this standard under rgference
conditiops.

e Selgct theshighest intrinsic uncertainty, e.g. measured at test point P5 = 0,092 V |(0,04 %
of Ui

U D2 far flcth oy Aot mia-atian £ infl o 1 d b franiiana,g nad-haormaaniag
° se T Srortdfrthefreaet C T A" B v

o Test influence of frequency on Uy, at test points S1 and S3 according to Table 4 of this
standard and select the highest variation e.g. measured at test point S3 = 0,069 V (0,03 %
of Uyin)-

e Test influence of harmonics on Uy, at test point S1 according to Table 4 of this document
and use the variation for calculation = 0,046 V (0,02 % of Uy;,)-

Measurement uncertainty = \/0,0922 +%>< (0,0692 +0,0462) [V]

= 0,133 [V] (0,06 % of Uy;, meaning that measurement uncertainty is within 0,1 % of Uy;,)-
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C.2.2.2 Calculation 2 to determine the operating uncertainty within temperature
range 0 °C to+45 °C, taking into account a possible influence caused by the
power supply variation

e Select the highest intrinsic uncertainty e.g. measured at test point P5 = 0,092 V (0,04 % of
Udin)-

e Test influence of temperature at test point ET2 according to Table 6 of this standard and
use the variation caused by ET2 for further calculation = 0,23 V (0,1 % of Ug;,).

e Test influence of power supply at test points EV1 and EV2 according to Table 7 of this
standard: result no variation.

Operati i = -

=0,297|[V] (0,13 % of Uy;, meaning that measurement uncertainty is within 0,2 % of Uy;,).

C.2.2.3 Calculation 3 to determine the operating uncertainty outside a temperEture
range of 0 °C, ..., +45 °C, taking into account a possible influence caused by
the Power supply

e Selgct the highest intrinsic uncertainty e.g. measured at testpoint P5 = 0,092 V (0{04 % of
Udin)-

e Tes{ the influence of temperature at test points ET1 ahd ET3 according to Table 6 of this
docyment and use the greatest variation for further_ealculation = 0,46 V (0,2 % of U/y;,).

o Take the values for the influence of the power supply at test points EV1 and E}2 from
Caldulation 2.

Operatig uncertainty = \/0,0922 +%>< (0,069%+0,0462 +0,462) [V]

= 0,548][V] (0,24 % of Uy;, meaning that measurement uncertainty is within 0,3 % of Uy;,)-

Cc.2.3 Parameter: power frequency 50/60 Hz, rated range of temperature —-25 °Q to
+55 °C

C.2.31 Calculation 1-to determine the measurement uncertainty according to
IEC 61000-4-30

Test frequencyevels P1, P2, P3 and P4 according to Table 3 of this standard under
referenge conditions.

o Selgct\the greatest intrinsic uncertainty e.g. measured at test point P4 = 4 mHz.

e Use P2 for further determination of influences caused by voltage magnitude and
harmonics.

o Test influence of voltage magnitude at test point S1 according to Table 4 of this document
is 3 mHz.

e Test influence of harmonics at test point S1 according to Table 4 of this document is
2 mHz.

Measurement uncertainty = \/42 +%><(32 +32) [mHz]

= 6,32 (< +10) [mHz]
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C.2.3.2 Calculation 2 to determine the operating uncertainty within temperature
range 0 °C, ..., +45 °C, taking into account a possible influence caused by
the power supply

o Select the greatest intrinsic uncertainty e.g. measured at test point P4 = 4 mHz.

e Test influence of temperature at test point ET2 according to Table 6 of this document and
use the variation of ET2 for further calculation = 5 mHz.

e Test influence of power supply at test points EV1 and EV2 according to Table 7 of this
document: result no variation.

Operating uncertainty = \/42 +%><(32 +22 +52) [mHz]

= 8,165|(< +20) [mHz]

C.2.3.3 Calculation 3 to determine the operating uncertainty outside.a‘temperpture
range of 0 °C, ..., +45 °C, taking into account a possible influence caused by
the power supply

e Selgct the greatest intrinsic uncertainty e.g. measured at test point P4 = 4 mHz.

e Tes{ influence of temperature at test points ET1 and ET3\according to Table g of this
docyiment and use the greatest variation for further calculation = 15 mHz.

e Take the values for the influence of power supply™at test points EV1 and EY2 from
Calqulation 2.

Operatig uncertainty = \/42 +%><(32 +22 +152) mHz]

= 18,25|(< +30) [mHz]



https://iecnorm.com/api/?name=a98f3c221ce0f038ffbe19a59a7b3e28

- 116 - IEC 62586-2:2017 © |IEC 2017

Annex D
(informative)

Further test on dips (amplitude and phase angles changes)

D.1 Phase-to-phase or phase-to-neutral testing

Phase-to-neutral testing (see Figure D.1) and phase-to-phase testing (see Figure D.2) on
three-phase systems:

A A
70 %
70 %
70 %

IEC

NOTE Phase-to-neutral testing on three-phase systems is performed one phase at a time.

Figure D.1 — Phase-to-neutral testing on\three-phase systems

(A (B)

)

IEC

NOTE Phase-to-phase testing on three-phase phase systems is also performed one phase at a time. Both (A) and
(B) show p 70 % dip. (A).is\preferred, but (B) is also acceptable.

Figure D.2 — Phase-to-phase testing on three-phase systems

D.2 Test'method

Objective: to ensure the correct measurement of parameters by the instrument during fault
conditions that may typically occur at installation sites (e.g. radial feeders), where
measurement devices may be exposed to multiple re-closures.

Successful outcomes:

e instrument measures parameters in accordance with [IEC 61000-4-30;
e number of events are correctly identified/counted;

e instrument maintains functionality throughout the test.

The tests shall be performed according to Table D.1:
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Table D.1 — Tests pattern

Time Red phase White phase Blue phase Dip events Interruption
(s) (%) (%) (%) events
0 100 100 100
1 100 100 100
2 100 100 100
3 100 100 100
4 100 100 0 Start dip 1
5 100 100 0 Dip 1

100 100 0 Dip 1
0 100 0 Dip 1
0 100 0 Dip 1
0 100 0 Dip 1
10 100 100 100 End dip-1
1 100 0 100 Startdip 2
1P 100 0 100 Dip 2
1B 100 0 100 Dip 2
1% 0 0 100 Dip 2
16 0 0 100 Dip 2
16 0 0 100 Dip 2
1 100 100 100 End dip 2
1B 100 100 0 Start dip 3
1P 100 100 0 Dip 3
2p 100 100 0 Dip 3
21 0 100 0 Dip 3
2p 0 100 0 Dip 3
2B 0 100 0 Dip 3
21 100 100 100 End dip 3
2b 100 0 100 Start dip 4
2p 100 0 100 Dip 4
2/ 100 0 100 Dip 4
2B 0 0 100 Dip 4
2p 0 0 100 Dip 4
3 5} 5} +00 Bip#
31 100 100 100 End dip 4
32 100 100 0 Start dip 5
33 100 0 0 Dip 5
34 100 0 0 Dip 5
35 0 0 0 Dip 5 Start int 1
36 0 0 0 Dip 5 Int 1
37 0 0 0 Dip 5 Int 1
38 100 0 100 Dip 5 End int 1
39 100 100 100 End dip 5
40 100 100 100
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Annex E
(informative)

Further tests on dips (polyphase): test procedure

E.1 General

a) Prerequisites

The equipment under test should be properly calibrated (amplitude accuracy) and its clock

shal

The
dips
prot
The

depth (dips or interruptions) and/or amplitude (for swells), expressed @s”a perce

Udin
b) Tes

The
for ¢

c) Gen
Injed
30s
sine
The
prog
The
inde
1201

The inje
duration

| be properly synchronized.

manufacturer—shatt—providetheecessary companion—toots—to—attow—access
swells/interruption (DSI) information required to perform the IEC 61000-4
bcol.

‘DS’ test requires the verification of the time tags, duration and remaining vo

or in primary voltage units (for example V or kV).
protocol

‘DSI’ test will be used for each of the declared Uy, declared’by the manufactu
ach of the mains frequencies supported.

eral

tion of 3-phase waveform with a steady state pre-fault and post-fault of a min
at Uy;,- Pre-fault and post-fault sections will*be ‘pure’ (nominally single-fre
waves f(t) = Ugi, SIN(2T fioq ¢ + ¢) With @ maximum distortion of 2 %.

phase angle ¢ will be chosen so that zero crossing occurs at a reference ti
rammed in the injection test equipment.

fault will start at signal zero crgssing (¢trgp) and will terminate at zero ¢
pendently for each of the 3 phases. Therefore tgeg p, for phase 2 will be del
compared to tgef. -

cted fault duration will last an integer number of cycles (example Figure E
will be according to the_tests RMS injections described below.

5 to the
30 test

ltage or
ntage of

rer, and

mum of
guency)

N€ [REF

rossing,
ayed by

1). The

ting tiNg + N cycle

IEC

Figure E.1 — Example for one phase of a typical N cycle injection
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E.2 Phase voltage dips and interruptions

Dip/interruption accuracy (amplitude and timing) test:

e one test for each of the following remaining voltages REMV: 85 %, 60 %, 40 %, 15 % Uy;n;
e thresholds will be set above the remaining voltage tested and hysteresis is 2 % Uy;,;
e 3-phase synchronous waveforms, injection reference at ¢y, according to Figure E.2 below:

1
D1 =4 cycles > ;
1 1 1
) H , Threshold #hystgresis
cecedecccsnccncaccsccccsncsastcccacnakbenaa I. .........................
1
TTTYTTTTTTTToToTooomeees ittt Ha E‘ """"""""""""" Threshold
i
1
1
1
1
1
T
REMV < > DDIP = 6 cycles
» i i
t3
IEC
What parameter to check Name Expected result
Time tag for beginning of dip t1 t1 (absolute UTC time tag) + 1cycle
Time tag for end of dip t3 t1 + 7 cycles (absolute UTC time tag)
Dip duration DDIP t3 — t1 = 6 cycles
Remaining voltage REMV within accuracy defined in IEC 61000-4-30

NOTE The number of cycles (4, 6).is an arbitrary value.

Figure E.2—Dipl/interruption accuracy (amplitude and timing) test

E.3 Phase swells

Swell ag¢curaey (amplitude and timing) test:

e thresholds will be below the remaining voltage tested and hysteresis is 2 % Uy;,;
e 3-phase synchronous waveforms, injection reference at ¢y, according to Figure E.3 below:
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AMPL : ' H
> '
T '
. Threshold
"""""""""""" e S ettt Threshold + hysteresis
: i ‘
L] ) L]
v ) v
] ) ]
(] 1 (]
L] ) L]
v ) ]
] ) ]
(] [] []
< : > DDIP = 6 cycles
)
t1 Yl
IEC
Expected results:
What parameter Name Expected result
to check
Time tag for beginning of swell: t1 t1 t,y, (absolute UTC time tag) #)1eycle
Time tag for end of swell: t3 t3 iy t 7 cycles (absolute JTCtime tag).
Swell dyration: DSWL DSWL t3 —t1 = 6 cycles
Swell amplitude AMPL within accuracy defined in IEC 61000-4-30
NOTE Tpe number of cycles (4, 6) is an arbitrary value.

Figure E.3 — Swell accuracy (amplitude and timing) test
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Annex F
(normative)

Gapless measurements of voltage amplitude and harmonics test

F.1  Purpose of the test

The purpose of this test is to check the exact duration of the 10/12-cycle basic time window
and also the gapless and non-overlapping implementation of the measurements.

F.2 Testset up
The tes{ shall not be done over a 10-min boundary.
NOTE A|test performed over a 10 min boundary will cause an overlap condition due to the aggregation algorithm.
The tegt shall be conducted with a Uy, value giving the best signal to noise rgtio. The
manufag¢turer shall indicate what the optimal Uy;, value for this testis.
The eqyipment under test (EUT) shall provide every 10/12-cycle RMS value and harmonics
value with a timestamp with a history depth of at least 100 xalues.
NOTE 1 |The EUT could either provide a log file or output the data continuously on a communication pqrt, or any
other megns that can achieve the required history depth.
NOTE 2 |For class S devices, only RMS values are required, because harmonic measurements are gllowed to
have gap$.
NOTE 3 |The test can be run separately for harmonics and voltage magnitude if the device is not able tp produce
10/12-cycfe values at the same time for harmonics\and voltage magnitude.
F.3 Voltage amplitude
F.3.1 Test signal
The follpwing test signal(shall be applied to the EUT:
Srms(?) = 1/1\/5008(21Tf1t+g01)>< (1+ Ay cos(21'rfm t+ (pm))
The follpwing-requirements apply to the test signal:
Value Accuracy
Fundamental frequency (f;) 50 Hz or 60 Hz 50 x 1076
Amplitude of fundamental component (V) Usin 0,5 %
Modulating frequency (f,,) 2,3 Hz 100 x 1076
Modulating amplitude (4,,) 0,1 1%
Phases (¢, , ¢) N.R. N.R.
F.3.2 Result evaluation

The 10/12-cycle RMS values build a sequence U,,4(0), ..., Uyms(100). From this sequence,
the following quantities shall be computed:
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NOTE Double bar means complex modulus.

Orms = \/ A(46)2
A(

The following requirements shall be met:

AN) =

1 99
U, k 100
50\/5];) RMS( )e

-122 -

211 Nk
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N = 45,46, 47

e Orms > 20;

e 45

e timg

b < A(46)/V, < 5,5 %;

F.4 Harmonics

stamp(U(100)) — timestamp(U(0)) = 20 s + 6 ms.

F.4.1 Test signal
The follpwing test signal shall be applied to the EUT:
Su(1) = V42 cos(2Tr f1 1+ @1)+ (14 Ay COS(2TTf ot o )) ¥ VinV2C0S(2TT M £yt + 0y )
The follpwing requirements apply to the test signatl:
Value Accuracy
Fundamental frequency (f;) 50 Hz or 60 Hz 50 x 1076
Amplitude of fundamental component (V) Usin 0,5 %
Modulating frequency (f,,) 2,3Hz 100 x 1076
Modulating amplitude (4,,) 0,3 1%
Harmonic number (M) Any value N.R.
Amplitude of harmonic component (7,,) 0,1 x Uy, 1%
Phases (¢, , ¢, » o) N.R. N.R.
F.4.2 Result evaluation
The 10/12-cycle harmonic values for harmonic number M build a sequence H(0,M), ...,

H(100,M). From this sequence, the following quantities shall be computed:

NOTE 1

99
B(N,M)= ﬁg&)H(k,M)e 100

Double bar means complex modulus.

QH(M):\/

The following requirements shall be met:

-j2m Nk

N =45,46,47

B(46,MP

B(45,MF + B(47,MP
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o 0Oy(M)> 20;
e 13,5 % < B(46,M)/ V,,< 16,5 %;
e timestamp(H(100,M)) — timestamp(H(0,M)) = 20 s + 6 ms.

NOTE 2 See Annex G for explanations about the method.
F.5 Inter-harmonics

F.5.1 Test signal

The following test signal shall be applied to the EUT:

Sy (t) = V42 cos(2T1 f1 1+ @1)+ (14 AyCOS(2TTf it + o)) x Vg/2C0S(2TT (M +05) f1 £ Ey7 )

The follpwing requirements apply to the test signal:

Value Accuracy
Fundamental frequency (f;) 50 Hz or 60 Hz 50 x 1076
Amplitude of fundamental component (V) Udin 0,5 %
Modulating frequency (/) 2,3Hz 100 x 1076
Modulating amplitude (4,) 0,3 1%
Inter-hagmonic number (M) Any.value N.R.
Amplitude of inter-harmonic component (¥,,) 0, 4% Uy, 1%
Phases [¢, , ¢, oy ) N.R. N.R.

F.5.2 Result evaluation
The 10f12-cycle inter-harmonic. yalues for inter-harmonic number M build a sgquence
IH(O,M)] ...,IH(100,M). From thjs sequence, the following quantities shall be computed

1 99 -j2711 Nk
C(NM)=|——= IH(k,M)e 100 N =45, 46,47
(Vb = \/E,;, (k, M Je

NOTE 1 |Doublesbar means complex modulus

Clas,mMp
C(45,MF + C(47,M

[
QIH<M>=\/

The following requirements shall be met:

o O;y(M)> 20;

e 13,5 % < C(46,M)/ V},< 16,5 %;

o timestamp(/H(100,M)) — timestamp(/H(0,M)) = 20 s + 6 ms.
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Annex G
(informative)

Gapless measurements of voltage amplitude and harmonics

Identification of incorrect implementation of the gapless and non-overlapping measurements
of 10/12-cycle RMS values and harmonics is a difficult task when trying to detect small gaps
or overlap, or filtering effects (for example, using a sliding window longer than 10/12 cycles
with an output every 10/12 cycles).

The following results are based on a simulation with the following simulation conditions (see

Figure G

-

e sampling frequency: 10240 Hz (first well-suited frequency for harmonic analysis: 2048 pts

for 200 ms).

¢ Noige: Gaussian white noise at 0,01 x Uy, RMS. For a steady-state distortion-freT signal,

this [noise level produces 200 ms RMS value in the range Uy, + Q4% Uy;,- Th

leve

S noise
simulates a device just at the limit of the allowed intrinsic uncertainty.

100,08 f

100,06

100,04 H-|- 11 ‘] . i | ' }

100,02

100,00

99,98

—

99,96 ”

200 ms RMS value (% Ugin)

99,94

99,92

99,90

0 100 200 300 400 500 600

200 ms RMS value sample number
IEC

Figure G.1 — Simulated signal under noisy conditions

The signal used for checking a gapless RMS voltage measurement is a fluctuating
fundamental signal with the following settings:

e sine
e fund
e 10

e mod

modulation;
amental amplitude: 100 % of Uy;,;
% modulation depth;

ulating frequency: 2,3 Hz.

With the above settings, the 10/12-cycle RMS values give the kind of waveform illustrated in
Figure G.2:
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Figure G.2 — Waveform for checking gapless RMS voltage measurement

50

IHC

For the|simulation of a theoretical ideal design, the freguency of the fluctuation is| exactly
2,3 Hz. [Using an FFT analysis, it is quite easy to detect gaps: the spectrum in Figurg G.3 is

obtained with a 100-pt rectangular analysis window:

100

80

60 \
40

Relative amplitude (dB)

J
|

AN

0 0,5 1,0

1,5

Frequency (Hz)

Figure G.3 — 2,3 Hz frequency fluctuation

2,0

IEC

If there is only a missing sample between two measurements, the spectral leakage effects
become visible as shown in the following figure: in blue, the spectrum with gapless
measurement; in red, the spectrum with just one missing sample (ca. 100 us) between

measurements, see Figure G.4:
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Figure G.4 — Spectral leakage effects for ammissing sample
As an |ndication for the gap (or overlap) between{iwo measurements, we can pse the
following equation:
_ A(n)?
A@=1)? + A(n+1)?
where n|is the FFT bin corresponding to the modulating frequency and 4(») the corresponding
amplituge (in our case, with anlanalysis window of 100 RMS values and a mogdulating
frequencgy of 2,3 Hz, n=46, assuming the DC component as an index of 0).
Figure (5.5 shows that thisvindicator has a very high value for exact gapless measufements
and defreases very (Quickly even with small gaps between consecutive measufements
(negative missing samples means overlap between consecutive measurements).
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Figure G.5 — lllustration of Ogys forrmissing samples
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If we take a closer look at the range [-5, 5], we can-see that it is possible to detect gven just

one misking sample. See Figure G.6.

800
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600 /
500

400 /

QRMQ

300 /
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NOTE QOgysand Q, are defined in Annex F .

samples

Figure G.6 — Detection of a single missing sample

These results are valid for an ideal signal, i.e. with 0 % deviation on the fundamental
frequency as well as the modulating frequency, and also with perfectly synchronized sampling.
IEC 61000-4-7 tolerates a deviation of 300 x 1076 of the synchronisation of the 10/12-cycle
time window. Should an ideal signal be assumed, which is sampled with a sampling frequency
error of —300 x 1076, the results are shown in Figure G.7:
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Figure G.7 — Ogus for an ideal signal, sampling error = =300 x 10-6

If we afld + 100 x 1076 deviation on the modulating frequency, the results are shown in
Figure .8 and Figure G.9:

70
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10 L1\

N
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NOTE QOgyg @nd @, are defined in Annex F.

Figure G.8 — Ogys for an ideal signal, sampling error = 400 x 10-6
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Figure G.9 — Ogys for an ideal signal, sampling error = 200 x 10-6
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e of Orus could be as low as 30 with perfect design. In order to keep somg safety
we chose a limit value of 20 for QOgrygwUnder certain conditions, we may|declare

a device that has a gap or overlap of 4or 2 samples, but this risk is very low.

honics and interharmonics, the sahie considerations apply. With the following gettings:

o flucuating harmonic settings (example);

e sine
° 5th §
e harn

e 30

e mod

Figure
synchro

modulation;

armonic;

nonic amplitude: 10-% of Uy;,;
% modulation depth;

ulating frequency: 2,3 Hz.

(5.10_sshows the result with an ideal test signal

hization.

and perfect sampling frequency
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Figure G.10 — 04(5) with ideal test signal and perfect sampling
frequency synchronization

Figure [3.11 shows the result with 300 x 1076>sampling frequency error and 100 x 1076
modulation frequency error.
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NOTE  Ogus ang On are defined in Annex F.

Figure G.11 — Qy(5) with 300 x 10~6 sampling frequency error
and 100 x 10~ modulation frequency error

The limit 04(5) > 20 is valid for the harmonic test.
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This indicator is not enough to detect filtering effects: the following Figure G.12 shows the
results obtained with a 20/24-cycle sliding window with a value output every 10/12 cycles:

250
200
z
S
c 150
S
w
g
3
Jd 100
R
g
Y
Y s0
0
100 -80  -60 -40  -20 0 20 40 60 80 {00

Missing samples EC
NOTE  Okus ang On @re defined in Annex F.
Figure|G.12 — Ogus With a 20/24-cycle sliding window with an output every 10/12|cycles

To detegt this kind of wrong design, we need*to add a test on the amplitude of the fluctuating
component.

Figure .13 shows in blue the correct implementation, and shows in red the wrong ong.

20

10
|
z
2
©
3
@ 5

-10 -80  -60 40  -20 0 20 40 60 80 100

Missing samples
9 P IEC

Figure G.13 — Amplitude test for fluctuating component
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This condition on the value of 4(46) for a 10/12-cycle RMS value and B(46,M) for harmonics is
a good way to detect this kind of filtering effect.
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Annex H
(informative)

Testing equipment recommendations

NOTE This annex is informative, but may become normative in the next edition of this standard.
H.1 Testing range

For compliance testing, the testing equipment should support the range of 200 % Uy, and
should comply with Table H.1.

Table H.1 — Testing range

Parameter Testing range
Voltage 50 mV to 480 V @
Current 1mAto 120 AP°
Frequenky 40 Hz to 70 Hz
Voltage harmonics 2nd to 50th
Harmonilc current 2" to 50t

a8 The peneration and test equipment voltage upper limit can be lgwer or higher as long as it covers 3200 % of
Udin'
b The peneration and test equipment current upper limit can.be lower or higher as long as it covers 100 % of
1

n'

¢ The maximum current of test equipment should accommodate with crest factor 3.

H.2 Uncertainty and stability of source and reference meter

H.2.1 Uncertainty of source and reference meter

The source and reference meter should comply with the requirements of Table H.2.
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Table H.2 — Uncertainty of source and reference meter

Parameter Range and uncertainty Source Reference meter
Voltage Range 50 mV to 480V ?@ 5Vto480Vv?a
Uncertainty 0,05 % 0,02 %
Current Range 1 mA to 20A P 5 mA to 20A°
Uncertainty 0,05 % 0,02 %
Frequency Range 40 Hz to 70 Hz 40 Hz to 70 Hz
Uncertainty 0,01 Hz 0,02 %
Voltage Range for:
harmonips 219 to o max. 16 %
10t to 30t max. 10 %
31t to 50t max. 5 %
Sum of harmonics 5%
Uncertainty 2%
Harmonic current | Range for:
2Md to 9" max. 60 %
10t to 30t max. 10 %
31t to 50" max. 5 %
Sum of harmonics 5%
Uncertainty 2%

a8 Gengration and test equipment voltage upper limit can be fower or higher as long as it covers 200 % |of Ugin-

b

Gengration and test equipment current upper limit can be lower or higher as long as it covers 100 % pf /.

H.2.2 Stability of the source

The source should comply with the-tequirements of Table H.3.

Table H.3 — Stability of source

Time period Time base Stability @ over specified
time period
10/12 cyeles 1 cycle 500 ppm
150/180.cycles 10 cycles 100 ppm °
10'min 3s 30 ppm ®
2h 10 min 20 ppm ®

a8 Some guidance about stability can be found in GUM (ISO/IEC Guide 98-3:2008).

® ppm stands for parts per million

H.3 Time synchronisation

For some class A tests, the testing equipment needs time synchronisation with a sufficiently
accurate time source.

H.4 Power quality functions of source and reference meter

The source and the reference standard should support the power quality functions according
to 6.3.1 of IEC 62586-1:2013, Table 6 (for PQI-A) or Table 7 (for PQI-S).
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H.5 Traceability

For sufficient traceability of the measurement uncertainty, it is recommended that the
reference standard be calibrated annually by an accredited calibration laboratory, i.e.
according to 1ISO 17025.
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Annex |
(informative)

Recommendations related to a declaration
of conformity (DoC) and a test report

1.1 Definitions

A DoC is a form issued by a manufacturer, based on a self-assessment (or first-party
assessment).

Assessment usually results in the delivery of a test report.

1.2 Recommendations

DoC should be accompanied with a full test report. This full test report"should at least|contain
tests regsults organized around each of the clauses and subclausés” of IEC 62584-2, and
should mention the test equipment used (brand, model, and traceability information).

1.3 Example of IEC 62586-1 declaration of conformity

Table I.{l provides an example of a DoC.
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Table I.1 — Example of a DoC related to compliance with IEC 62586-1

Issued by Specify the name of the test lab here, e.g.:
PQ Laboratory, City, Country

Date Specify the date of issuance here, e.g.:
2015-10-31

Applicant Specify the applicant here, e.g.:
PQAPPLICANT, City, Country

Manufacturer Specify the manufacturer here, e.g.:

PQMANUF, City, Country

Model under test

Specify the model that was tested (model number, etc.) here, e.qg.:

PQDEV

Firmwajge version

Specify the firmware version that was tested here, e.g.:

V1.1.1

Kind of [device submitted

Specify the device and the power quality functions class here, e.g.:

PQl-A-FI1 (power quality instrument according to IEC 62586-1)
embedding IEC 61000-4-30 class A power quality functions.

Characteeristics of the device | Temperature Specify the\temperature ranges here, €.9.:
Limit,range of operation: —-25 °C to + 55 °C
Rated‘range of operation: -25 °C to + 55 °C
Power supply range Specify the power supply range here, €.g.:
110 V AC to 250 V AC
Reference voltage Uy Specify Uy, here, e.g.:
230 V
Frequency f, Specify the tested frequencies here, e.§g.:
50 Hz and 60 Hz
Tests ere pe.rformed in - IEC 62586-1:, Powe.r quality measurement in power supply systems —
accorddnce with: Part1: Power Quality Instruments (PQI).
- |EC 62586-2, Power quality measurement in power supply systems —

Part 2: Functional tests and uncertainty requirements.

IEC 610D00-4-30 power quality
functions tested:

Specify the IEC 61000-4-30 functions that were tested here, e.g.:
— Power frequency

— Magnitude of the supply voltage

- Flicker

— Supply voltage dips and swells

— Supply voltage interruptions

— Supply voltage unbalance
— Voltage harmonics

— Voltage interharmonics

— Mains signalling voltage
— Under-/over-deviation

- RVC

— Current-related parameters
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Test reports Specify the test reports here:

EMC: Laxxxx-yyy dated 2015-10-01, test lab

Safety: Lsxxxx dated 2015-10-01, test lab

Climatic: Lcxxxxx, dated 2015-10-01, test lab
Mechanical: Lmxxxx, dated 2015-10-01, test lab
Functional tests: Lfxxxxx, dated 2015-10-01, test lab

1.4 Example of IEC 62586-2 declaration

1.4.1 General

Table |.2 provides an example of DoC.
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Table 1.2 — Example of DoC related to compliance with IEC 62586-2

Issued by Specify the test lab name here, e.g.:
PQ Laboratory, City, Country

Date Specify the date of issuance here, e.g.:
2015-10-31

Applicant Specify the applicant here, e.g.:
PQAPPLICANT, City, Country

Manufacturer Specify the manufacturer here, e.g.:

PQMANUF, City, Country

Device {inder test

Specify the model that was tested (model number, etc.) here, e.qg.:

PQDEV

Firmwajge version

Specify the firmware version that was tested here, e.g.:

V1.1.1

Kind of [device

Specify the device and the power quality functions class here, e.g.:

Meter embedding IEC 61000-4-30 class S powef quality functions

Charactleristics of the device

Temperature
Limit range of operation: -25 °C to +

Rated,range of operation: —25 °C to

Specify the témperature ranges here, €.

g9.:
55 °C
t+ 55 °C

Specify here power supply range, e.g.:
110 V AC to 250 V AC

Power Supply range

Specify the tested frequencies here, e.

50 Hz and 60 Hz

Frequency 1

nom

Tests were performed in
accordance with:

IEC 62586-2, Power quality measurement in power supply systemg
Part 2: Functional tests and uncertainty requirements.

IEC 610D00-4-30 Power Quality
functions tested:

Specify the((EC 61000-4-30 functions that were tested here, e.g.:
— Power:frequency

— Maghnitude of the supply voltage

- Flicker

— Supply voltage dips and swells

— Supply voltage interruptions

— Supply voltage unbalance

— Voltage harmonics

— Voltage interharmonics

— Mains signalling voltage

— Under-/over-deviation
- RVC

— Current-related parameters

Test report

Specify the test report references here:

Laxxxx-yyy dated 2015-10-01

1.4.2 Recommendation for IEC 62586-2 test report

Test reports should provide a section with test summary, a section with test equipment
information, and a section with details of tested functions.
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1.4.3 Recommendation for IEC 62586-2 test summary
The test report should provide a table showing the summary of functions tested, including:

e accuracy of measurement, if any;
e measuring range tested, if any;
e aggregation features tested.

1.4.4 Recommendation for IEC 62586-2 test equipment information

The test report should provide a table showing the summary of test equipment used, including:

e brand—andmodet;

e traceability information.
1.4.5 Recommendation for IEC 62586-2 tested functions
The tes{ report shall provide the list of tests carried out, including:

o the {est number (as specified in tables of IEC 62586-2);
e the purpose of the test;

e the {est result: pass/fail /not tested/not applicable.
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La Norme internationale IEC 62586-2 a été établie par le comité d'études 85 de I'IEC:
Equipements de mesure des grandeurs électriques et électromagnétiques

Cette deuxiéme édition annule et remplace la premiére édition parue en 2013. Cette édition
constitue une révision technique.

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport a I'édition
précédente:

a) ajout des procédures d'essai des RVC et du courant;

b) correction d'erreurs.
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La présente version bilingue (2017-11) correspond a la version anglaise monolingue publiée
en 2017-03.

Le texte anglais de cette norme est issu des documents 85/525/CDV et 85/571/RVC.

Le rapport de vote 85/571/RVC donne toute information sur le vote ayant abouti a
['approbation de cette norme.

La version francgaise de cette norme n'a pas été soumise au vote.

Ce document a été rédigé selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Une listg de toutes les parties de la série IEC 62586, publiées sous le titre générakMgsure de
la qualitg de I'alimentation dans les réseaux d'alimentation, peut étre consultée sub le site web
de I'lEC

Le com|té a décidé que le contenu de ce document ne sera pas modifié avant la date de
stabilité| indiquée sur le site web de I'lEC sous "http://webstore.iec.ch” dans les données
relatives au document recherché. A cette date, le document sera
e recdnduit,

e supprimé,

e remplacé par une édition révisée, ou

e amendé.

Le cont¢nu du corrigendum de juin 2018 a été prisien considération dans cet exemplaire.

IMPORTANT - Le logo "colour inside" qui se trouve sur la page de couverthre de
cette publication indique qu'elleccontient des couleurs qui sont considérées gomme
utiles |a une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par
conséquent, imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.
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INTRODUCTION

La qualité de l'alimentation est de plus en plus importante dans les réseaux d'alimentation a
I'échelle mondiale et est généralement évaluée par des instruments de qualité de
I'alimentation.

La présente partie de I'lEC 62586 spécifie les essais fonctionnels et les essais d'incertitude
destinés a vérifier la conformité d'un produit par rapport aux méthodes de mesure de la
classe A et de la classe S définies dans I'lEC 61000-4-30.

Ainsi, ce document compléte I'lEC 61000-4-30.
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MESURE DE LA'QUALITE DE L'ALIMENTATION
DANS LES RESEAUX D'ALIMENTATION -

Partie 2: Essais fonctionnels et exigences d'incertitude

1 Domaine d'application

La présente partie de I'lEC 62586 spécifie les essais fonctionnels et les exigences
d‘incertirude pour les instruments dont les fonctions incluent la mesure, I'enregistrement et,
éventuellement, la surveillance des paramétres de qualité de I'alimentation dans les réseaux
d'alimerjtation, et dont les méthodes de mesure (classe A ou classe S) sont~définies dans
I''EC 61000-4-30.

La prégente norme s'applique aux instruments de qualité de I'aliméntation confgrmes a
I''EC 62H86-1.

Cette nprme peut également apparaitre sous forme de référence dans d'autres nofmes de
produity (p. ex. sur les enregistreurs de défauts numériques; les appareils de mesure des
revenus), les relais de protection MV ou HV) spécifiant des, appareils incorporant des fpnctions
de qualité de l'alimentation de classe A ou de classe S selon I'lEC 61000-4-30.

Ces exigences sont applicables aux réseaux d'alimentation en courant alternatif monophasés,
biphasép (phase divisée) et triphasés a 50 Hz ou 60 Hz.

La présente norme ne concerne pas l'interface utilisateur ni les thémes sans rapport avec les
performpances de mesure des appareils.

La présente norme ne concerne pas“le post-traitement et l'interprétation des donnges, par
exemple avec un logiciel dédié.

2 Réflérences normatives

Les doduments suivants’ cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur gontenu,
des exigences du, “présent document. Pour les références datées, seule I'éditign citée
s'appligbe. Pour~les références non datées, la derniére édition du document de référence
s'appligbe (y eompris les éventuels amendements).

IEC 61000-2-4, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 2-4: Environnenent -
Niveaux de compatibilité dans les installations industrielles pour les perturbations conduites a
basse fréquence

IEC 61000-4-7, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-7: Techniques d'essai et de
mesure — Guide général relatif aux mesures d'harmoniques et d'interharmoniques, ainsi qu'a
I'appareillage de mesure, applicable aux réseaux d'alimentation et aux appareils qui y sont
raccordés

IEC 61000-4-15, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-15: Techniques d'essai et
de mesure — Flickermétre — Spécifications fonctionnelles et de conception

IEC 61000-4-30:2015, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-30: Techniques
d'essai et de mesure — Méthodes de mesure de la qualité de I'alimentation
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IEC 62586-1:2013, Mesure de la qualité de I'alimentation dans les réseaux d'alimentation —
Partie 1: Instruments de mesure de la qualité de I'alimentation

ISO/IEC Guide 98-3:2008, Incertitude de mesure — Partie 3: Guide pour l'expression de
'incertitude de mesure (GUM:1995)

3 Termes, définitions, termes abrégés, notations et symboles

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans I'lEC 61000-4-
30 ainsi que les suivants s'appliquent.

L'ISO ef I'lEC tiennent & jour des bases de données terminologiques destinées a étre (tilisées
en normfalisation, consultables aux adresses suivantes:

o |EC|Electropedia: disponible a I'adresse http://www.electropedia.org/

e |ISO|Online browsing platform: disponible a I'adresse http://www.iso.org/obp
3.1 Termes et définitions généraux

3.1.1
plage limite de fonctionnement
conditiohs extrémes qui peuvent étre supportées par un appareil de mesure sans dommage et
sans dégradation de ses caractéristiques métrologiqueslofs d'une utilisation ultériedre dans
ses congditions de fonctionnement nominales

Note 1 3| l'article: 1l convient que l'instrument de mesure” puisse fonctionner dans la plage [imite de
fonctionngment.

3.1.2
plage agsignée de fonctionnement
plage de valeurs d'une grandeur d'influence unique qui fait partie des conditlons de
fonctionnement nominales

Note 1 a [Farticle: 1l convient que I'ingertitude soit respectée dans la plage assignée de fonctionnement.
3.2 Termes et définitions relatifs a I'incertitude

3.21
incertitude intrinséque
incertitude d'un appareil de mesure lorsqu'on I'utilise dans les conditions de référence

Note 1 a |I'articles"Dans le présent document, il s'agit d'un pourcentage de la valeur mesurée définig dans sa
plage assjgnée.et avec toutes les grandeurs d'influence dans les conditions de référence, sauf indication fontraire.

[SOURCETTET 6035972001, 3210, modifie — La Note T a I'articie a ete ajoutee.]

3.2.2

grandeur d'influence

grandeur qui n'est pas l'objet de la mesure, et dont la variation affecte la relation entre
I'indication et la mesure

Note 1 a l'article: Les grandeurs d'influence peuvent provenir du systéme de mesure, de 'appareil de mesure ou
de I'environnement [VEI].

Note 2 a I'article: Comme le diagramme d'étalonnage dépend des grandeurs d'influence, pour assigner la mesure,
il est nécessaire de savoir si les grandeurs d'influence applicables sont dans la plage spécifiée [VEI].

Note 3 a l'article: Une grandeur d'influence est dite située dans une plage C' a C” lorsque les résultats de sa
mesure satisfont la relation: C’<V-U<V+ U< C"

[SOURCE: IEC 60359:2001, 3.1.14]
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3.2.3

variation

variation en fonction d'une grandeur d'influence unique

différence entre la valeur mesurée dans les conditions de référence et toute valeur mesurée
dans la plage assignée de fonctionnement (pour cette grandeur d'influence spécifique)

Note 1 a I'article: |l convient que les autres caractéristiques de performances et les autres grandeurs d'influence
restent dans les plages spécifiées pour les conditions de référence.

3.24

conditions de fonctionnement nominales

ensemble de conditions devant étre remplies pendant la mesure pour qu'un diagramme
d'étalonnage soit valable

Note 1 a [l'article: Outre I'étendue de mesure spécifiée et les domaines de fonctionnement assignés| pour les
grandeurg d'influence, les conditions peuvent comprendre des domaines spécifiés d'autres caractéristiques de
performances de fonctionnement, et d'autres indications qui ne peuvent pas étre expriméés“sous [forme de
domaines|de grandeurs.

[SOURCGE: IEC 60359:2001, 3.3.13]

3.2.5
incertitbde de fonctionnement
incertitude dans les conditions nominales de fonctionnement

Note 1 al l'article: L'incertitude instrumentale en fonctionnement,\ comme l'incertitude intrinseque, p'est pas
évaluée plar I'utilisateur de I'instrument, mais déclarée par son consfructeur ou son étalonneur. Cette meption peut
revétir la fforme d'une relation algébrique impliquant l'incertitude\xinstrumentale intrinseque et les valeurq d'une ou
plusieurs [grandeurs d'influence, mais une telle relation est seulement un moyen commode d'exprimer un fensemble
d'incertitudes instrumentales en fonctionnement dans différentes conditions d'utilisation, non pas ung relation
fonctionng¢lle pouvant servir a évaluer la propagation de l'iqcéertitude a I'intérieur de I'appareil.

[SOURCE: IEC 60359:2001, 3.2.11, modifie*— Le mot "instrumental" a été supprimé|dans le
terme et dans la définition.]

3.2.6
incertitude systéme global
incertitude incluant I'incertitude~instrumentale de tous les composants relatifs au sysiéme de
mesure | (capteurs, fils, instrument de mesure, etc.) dans les conditions de fonctionnement
nominales

3.2.7
valeur nominale-de I'entrée de courant /,
valeur ¢fficacercompléte spécifiée par le fabricant conformément a I''EC 61000-4-30

3.3 Motations

3.3.1 Fonctions

Voir fonctions définies dans I'EC 61000-4-30:2015.

3.3.2 Symboles et abréviations
N.R. non requis
N.A. non applicable

3.3.3 Indices
min valeur minimale

max valeur maximale
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4 Exigences

4.1 Exigences concernant les produits conformes a la classe A

Les produits conformes a la classe A de I'lEC 61000-4-30 doivent respecter les exigences
suivantes:

— conformité avec l'incertitude de fonctionnement de classe A basée sur des essais, et
définie a I'Article 8;

— conformité avec les essais fonctionnels de classe A définis a I'Article 6, basés sur les
exigences communes définies a I'Article 5. Un résumé de ces essais est fourni dans le

Tableau 1.
Tableau 1 - Résumé des essais de type pour la classe A
Grandeurs Article Méthode de Incertitude de mesure et Evaluation de* |/Agrégption de
d'influence des mesure étendue de mesure mesure mesure
rése@ux
électr{ques Incertitude Variations en
dans les fonction des
conditions de grandeurs
référence d'influence
Fréquenge 6.1 6.1.2 6.1.3.1 6.1.3.2 6.1.4 N.A.
industrielle
Amplitudg de la |6.2 6.2.1 6.2.2.1 6.2.2.2 N.A. 6.2.4
tension
d'alimentation
Papillotement 6.3 Voir Voir NJA. N.A. N.A.
IEC 61000-4- IEC 61000-4-
15 15
Coupures$, creux |6.4 6.4 6.4 6.4 N.A. 6.4
et surtengions
de la tengion
d'alimentation
Déséquillbre de |6.5 6.5 6.5 N.A. N.A. N.A.
tension
d'alimentation
Harmoniques de |6.6 6.6.1 6.6.2.1 6.6.2.2 N.A. 6.6.4
tension
Interharmonique |6.7 6+7.1 6.7.2.1 6.7.2.2 N.A. 6.7.4
s de tengion
Tension ge 6.8 6.8 6.8 6.8.2.2 N.A. 6.8
transmission de
signaux
Valeur basse et/ [ 6.9 6.9 6.9 6.9 N.A. 6.9
valeur hguteide
la tensiofr
Marquage 6.10 6.10 N.A. N.A. N.A. N.A.
Essai de 6.11 N.A. 6.11 N.A. N.A. N.A.
I'incertitude
d'horloge
Variations en 6.12 N.A. N.A. 6.12 N.A. N.A.
fonction des
grandeurs
d'influence
externes
Variations 6.13 6.13.2 N.A. N.A. N.A. N.A.
rapides de 6.13.3
tension (RVC) 6.13.4
6.13.5
6.13.6
6.13.7
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Grandeurs Article Méthode de Incertitude de mesure et Evaluation de | Agrégation de
d'influence des mesure étendue de mesure mesure mesure
réseaux
électriques Incertitude Variations en
dans les fonction des
conditions de grandeurs
référence d'influence
Amplitude du 6.14 6.2.1 6.2.2.1 6.2.2.2 N.A. N.A.
courant
Courant 6.15 6.6.1 6.6.2.1 6.6.2.2 N.A. 6.6.4
harmonique
Courants 6.16 6.7.1 6.7.2.1 6.7.2.2 N.A. 6.7.4
interharmoniques
Déséquillbre de [6.17 6.17.2 6.17.2 N.A. N.A. N.A,
courant

4.2 Eiigences concernant les produits conformes a la classe S

La procgdure d'essai pour les instruments de classe S est identique @ eelle des instfuments
de claspe A, si les méthodes de mesure de classe A sont implémentées (voir Afticle 6).
Toutefols, I'étendue de mesure et I'incertitude de mesure doivent.respecter ou dépagser les
exigencpes de performances définies dans I'lEC 61000-4-30 pourJes instruments de clgsse S.

Les produits conformes a la classe S de I'lEC 61000-4-30 doivent respecter les exigences

suivantes:

— confprmité avec l'incertitude de fonctionnement-de classe S basée sur l'essai, et définie a

I'Article 8;

— confprmité avec les essais fonctionnels . de' classe S définis a |'Article 7, basés
exigences communes définies a I'Articlet5. Un résumé de ces essais est fourni

Tableau 2.

sur les
dans le
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Tableau 2 - Résumé des essais de type pour la classe S

Grandeurs Article Méthode de Incertitude de mesure et Evaluation de Agrégation
d'influence mesure étendue de mesure mesure de mesure
des réseaux - .
électriques Incertitude Variations en
dans les fonction des
conditions grandeurs
de référence d'influence
Fréquence 71 7.1.2 7.1.3.1 7.1.3.2 7.1.4 N.A.
industrielle
Amplitude de la | 7.2 7.2.1 7.2.21 7.2.2.2 N.A. 7.2.4
tension
d'alimentation
Papillotgment 7.3 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A!
Coupurgs, 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 NYA.
creux et
surtensipns de
la tensign
d'alimenftation
Déséquilibre de | 7.5 7.5.2 7.5.2 N.A. N.A. 7.5.3
tension
d'alimenltation
Harmoniques 7.6 7.6.2 7.6.3.1 7.6.3.2 N.A. 7.6.5
de tensipn
Interharmpniques 7.7 7.7 7.7 7.7 N.A. 7.7
de tensipn
Tension|de 7.8 7.8.2 7.8.3.1 NA. N.A. N.A.
transmigsion
de signgux
Valeur basse et | 7.9 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
valeur haute de
la tensign
Marquage 7.10 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Essai ds 7.1 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
I'incertityide
d'horlogg
Variations en 7.12 N. A} N.A. N.A. N.A. N.A.
fonction|des
grandeufs
d'influence
externes
Variations 13 6.13.2.1, N.A. N.A. N.A. N.A.
rapides fle 6.13.3,
tension {(RVC) 6.13.4,
6.13.5,
6.13.6,
643 F
Amplitude du 7.14 7.2.1 7.2.21 7.2.2.2 N.A. N.A.
courant
Harmoniques 7.15 7.6.2 7.6.3.1 7.6.3.2 N.A. 7.6.5
de courant
Courants 7.16 7.7 7.7 7.7 N.A. 7.7
interharmoniques
Déséquilibre de | 7.17 7.17.2 7.17.2 N.A. N.A. N.A.

courant
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5 Exigences communes aux essais de type fonctionnel

5.1 Philosophie générale des essais
5.1.1 Topologie du systéme

Concernant les dispositifs de mesure de systémes triphasés, I'essai doit s'appuyer sur une
topologie a 4 fils lorsque les grandeurs d'influence influent sur les creux de tension, les
surtensions et les déséquilibres de tension (voir 6.4.2, 6.4.3, 6.5, 7.4.2, 7.4.3 et 7.5)

5.1.2 Temps de stabilisation

La durége opéb;f;éc pat te plc’bcllt doctment pout bhaquc essarn'inctt pas te—t mps de

stabilisgdtion de I'équipement d'essai ni de I'appareil soumis a I'essai.

5.1.3 Etendues de mesure

Le Tableau 3 ci-dessous définit les différents points d'essai qui doivent étre appliqués
conformément aux procédures d'essai définies a I'Article 6 et a I'Article 7 afin de| vérifier
I'incertitude dans I'étendue de mesure.
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Tableau 3 — Points d'essai pour chaque paramétre mesuré

Paramétre Classe Point Point Point Point Point
mesuré d'essai P12 d'essai P2 2 d'essai P32 d'essai P4 2 d'essai P52
Fréquence AouS 42,5 Hz 50,05 Hz 57,5 Hz 50 Hz N.A.
50 Hz ® (couvre
50 Hz)
Fréquence AouS 51 Hz 59,95 Hz 69 Hz 60 Hz N.A.
60 Hz ° (couvre
60 Hz)
Amplitude de la A 10 % de Uy, | 45 % de Uy, 80 % de Uy, 115 % de Uy, 150 % de Uy,
tension
S 20 % de Uy;,, | 45 % de Uy, 70 % de Uy;,, | 95 % de Uy, 120 % de Uy,
Amplitude du AousS 10 % de I 45 % de I 80 % de I, 100 % de I, N.A<
courant
Surtensipns © A Seuil de Seuil de 110 % de Uy, | 120 % de Uy, 200 % [de Uy,
surtension - ¢ | surtension + 9
S Seuil de Seuil de 110 % de Uy, | 120 % der Uy 150 % de Uy,
surtension - 9 | surtension + ¢
Creux © A Seuil de Seuil de 20 % de Uy, 60 % de Uy, 85 % de Uy,
creux + 4 creux - 49
S Seuil de Seuil de 20 % de Uy, 60 % de Uy, 85 % de Uy,
creux + ¢ creux — ¢
Harmoniques A Fondamentale | Fondamentale | Fondameéntale | Fondamentale Fondamentale
selon les selon les selones selon les selon lgs
spécifications | spécifications | spécifications | spécifications spécifi¢ations
5% surla2® | 10 % sur la 3%}, "% sur la 50° | Distorsion Distorsjion
harmonique harmonique harmonique simultanée sur | simultgnée sur
toutes les toutes |es
harmoniques harmoniques
jusqu'au 50° jusqu'au 50°
rang a 10 % des| rang a[200 %
niveaux de des nileaux de
compatibilité de | compatibilité de
classe 3 de classe |3 de
I'"EC 61000-2-4 | I''lEC 6[1000-2-4
S Fondamentale | Fondamentale | Fondamentale | Fondamentale Fondarmentale
selon les selon les selon les selon les selon lgs
specifications | spécifications | spécifications | spécifications spécifi¢ations
5% surla2® | 10 % surla 3% | 1 % sur la 40® | Distorsion Distorsjion
harmonique harmonique harmonique simultanée sur | simultgnée sur
toutes les toutes |es
harmoniques harmoniques
jusqu'au 40° jusqu'gu 40°
rang a 10 % des| rang a[100 %
niveaux de des niVeaux de
compatibilité de | compatibilité de
classe 3 de classe |3 de
I'"EC 61000-2-4 | I'lEC 61000-2-4
Interharmoniques f | A Fondamentale | Fondamentale | Fondamentale | Fondamentale Fondamentale
selon les selon les selon les selon les selon les
spécifications | spécifications | spécifications | spécifications spécifications
5 % sur 10 % sur 1 % sur Distorsion sur 4 | Distorsion sur 4
I'interharmo- I'interharmo- I'interharmo- interharmoni- interharmoni-
nique a nique a nique a ques® choisies ques® choisies
1,5 x la 7,5 % la 49,5 x |la jusqu'au 50°¢ jusqu'au 50°¢
fréquence fréquence fréquence rang a 10 % des| rang a 200 %
fondamentale | fondamentale | fondamentale | niveaux de des niveaux de
compatibilité de | compatibilité de
classe 3 de classe 3 de
I'"EC 61000-2-4 | I'lEC 61000-2-4
S N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
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Parameétre Classe Point Point Point Point Point
mesuré d'essai P12 d'essai P2 2 d'essai P32 d'essai P42 d'essai P52
Tensiop dg A Ugin gppliqué al Uyin gppliqué al Uyin gppliqué al Uyin ’appliqué a | Uy ’appliqué a
transmission de la fréquence la fréquence la fréquence la fréquence la fréquence
signaux fondamentale, | fondamentale, | fondamentale, | fondamentale, fondamentale,
avec 0 % de avec 1 % de avec 3 % de avec 9 % de avec 15 % de
Ugin @ la Ugin @ 12 Ugin @ la Uyin @ la Uyin @ la
frequence frequence frequence frequence frequence
porteuse porteuse porteuse porteuse porteuse
spécifiée spécifiée spécifiée spécifiée spécifiée
S N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

a8 Les paramétres mesurés doivent étre examinés individuellement, p. ex. point d'essai P1 pour la fréquence,

point d'essai P2 pour le papillotement.
b Les instruments destinés a fonctionner a 50 Hz doivent utiliser les chiffres fournis a la ligne "Fréquerjce
50 HEz". Les instruments destinés a fonctionner a 60 Hz doivent utiliser les chiffres fournis a la ligne
"Fréquence 60 Hz". Les instruments destinés a fonctionner a 50 Hz et 60 Hz doivent utiliser |es ‘chiffles
fournis aux deux lignes "Fréquence 50 Hz" et "Fréquence 60 Hz".
¢ Pourplus d'informations, voir Annexe D.
4 Seuil de surtension + = seuil minimal de surtension déclaré par le fabricant + incertitudé de mesure de la
tension résiduelle + hystérésis
Seui| de surtension - = seuil minimal de surtension déclaré par le fabricant - incertitude de mesyre de la
tension résiduelle - hystérésis
Seui| de creux + = seuil minimal de creux déclaré par le fabricant +%incertitude de mesure de la| tension
résidquelle + hystérésis
Seui| de creux - = seuil minimal de creux déclaré par le fabricant - incertitude de mesure de lal tension
résiduelle - hystérésis
¢ Le fdbricant peut choisir les interharmoniques mais doit lesajouter dans le rapport de I'essai de type
f Les fingles de phase des harmoniques et des interharmoniques ne doivent pas étre décalés par rappprt a la
fondgmentale.
NOTE [Ce tableau est issu de I'Article 6 de I'|EC 61000-4-30:2015.
5.1.4 "Grandeurs d'influence des réseaux électriques” simples
Le Tablpau 4 spécifie en détail les points d'essai définis pour les grandeurs d'influepce des
réseaux électriques, conformément a un sous-ensemble des exigences du 6.1 de I'lEQ 61000-
4-30:2008.
NOTE Les exigences dégrites en 6.1 ont été supprimées de I'lEC 61000-4-30:2015.
Le Tableau 4 spé€cCifie les valeurs minimale, moyenne et maximale des états d'esgai pour
chaque |grandeur-d'influence de réseau électrique et pour chaque classe de performarnce. Les
états d'essdi doivent étre examinés indépendamment pour chaque grandeur d'influgnce du
réseau glectrique, et non en tant qu'ensemble complet. Ces points d'essai sont degtinés a
étre ap[,iiquéa conformémentaux pluuédwca dessatrdéfintesatArticte 6eta1Articte 7.
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Tableau 4 - Liste des "grandeurs d'influence des réseaux électriques” uniques

Grandeurs Classe Etat d'essai S1 2 Etat d'essai S2 2 Etat d'essai S3 2 Etat d'essai S4 2
d'influence des
réseaux
électriques
Fréquence 50 Hz AouS |42,5Hz 50 Hz 57,5 Hz N.A.
¢ (couvre 50 Hz)
Fréquence 60 Hz AouS [51Hz 60 Hz 69 Hz N.A.
€ (couvre 60 Hz)
Amplitude de la A 10 % de Uy, N.A. 200 % de Uy, N.A.
tension S |10 % de Uy, N.A. 150 % de U, N.A.
Amplitude du AouS |10 % del, N.A. 100 % de 7, N.A.
courant
Harmoniques (gn AousS |° d N.A. N.A. N-A.
plus du signal % du signal % du signal
fon’dgfmental fondamental | fondamental
specifie) H1: 100 % H1: 100 %
H3: 10 % de H3: 60 % de
180° 180°
H7: 10 % de H5: 55 % de
180° 0°
H11: 10 % de | H7: 50 % de
180° 180°
H15: 4 % de H9: 41 % de
180° 0°
H19: 5 % de
180°
H23: 5 % de
180°
Interharmoniqueg ° A N.A. Fréquence = 1,5 x la |Fréquence = 0,5 x la | Digtorsion
: fréquence fréquence appliquée
.(|n<’:IL.1ant I?S rangs fondamentale; 9 % fondamentale; 2,5 % |sinpultanément a
inférieurs a la d fré
fondamentale) de Uy, de Uy, debix fréquences
interharmoniques:
1) Fréquence = 2°
harmonique + 5 Hz
(145 Hz a 50 Hz
et/pu 125 Hz a
60(Hz), Amplitude
=4 % de Uy,
2) Fréquence = 2¢
harmonique +
10|Hz (110 Hz
a 40 Hz et/ou
130 Hz a 60 Hz),
Anplitude = 6 %
de(Ugin
S N Fréquence = 1,5 x ta [FTEQUENCE = 0,5 < ta |-
fréquence fréquence
fondamentale; 2,5 % |fondamentale; 2,5 %
de Uy de Uy

Les grandeurs d'influence doivent étre examinées individuellement, p. ex. état d'essai S1 pour la fréquence, état d'essai S2

pour le papillotement, etc. Les autres grandeurs d'influence doivent rester dans les conditions de référence pour les

essais.

¢ Ce signal représente un facteur de créte de 2.

Ce signal représente un facteur de créte de 3.

La tension de transmission de signaux peut étre utilisée en tant que grandeur d'influence, comme les interharmoniques.

Les instruments destinés a fonctionner a 50 Hz doivent utiliser les chiffres fournis a la ligne "Fréquence 50 Hz". Les

instruments destinés a fonctionner a 60 Hz doivent utiliser les chiffres fournis a la ligne "Fréquence 60 Hz". Les
instruments destinés a fonctionner a 50 Hz et 60 Hz doivent utiliser les chiffres fournis aux deux lignes "Fréquence 50 Hz"
et "Fréquence 60 Hz".
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Le Tableau 5 et le Tableau 6 spécifient les différents états d'essai relatifs a la température et
a la tension d'alimentation.

Tableau 5 - Influence de la température

Grandeurs d'influence

Etat d'essai ET1

Etat d'essai ET2

Etat d'essai ET3

Température @

Température minimale de
la plage assignée de
fonctionnement. °

Situation la plus
défavorable définie par le
fabricant dans la plage de

Température maximale de
la plage assignée de
fonctionnement P

o A o b
Durée de bain nécessaire 0°Caas-C Durée de bain nécessaire
pout obtenit :'c':qu;“blc. Buréedetaimmécessaire pout obtenit :'t':qu libre:
1 h au moins. pour obtenir I'équilibre: 1 h au moins.
1 h au moins.

@ La cjrculation de I'air peut étre forcée dans la chambre d'essai, ce qui réduit I'impact de |'auteéchatiffement
du pfroduit. Si la circulation de I'air est forcée, la limite de température doit étre ajustée pour'tenir cgmpte de
I'impjct de I'air forcé sur la température interne de |'appareil soumis a I'essai. Si I'utiisateur de Ip norme
prenfl de telles mesures, il doit fournir des informations suffisantes a ce sujet pour{que l'essai puisse étre
reprgduit.

b Pour les produits PQI, cette plage assignée de fonctionnement est spécifiée ‘dans I'lEC 62586-1.|Chaque
fabripant ou norme de produit faisant référence a I'lEC 62586-2 doit spécifier la plage de température

assig

née de fonctionnement.

Tableau 6 — Influence de la tension d'alimentation auxiliaire

G

andeurs d'influence Etat d'essai EV1 Etat d'essai EV2

Tension

d'alimentation auxiliaire Ui SPEcifiée par ledabricant U,ax SPEcifiée par le fabric

hnt

5.1.6

Le Tabl
I'Article

Critéres d'essai

bau 7 spécifie les différents.critéeres d'essai génériques utilisés dans I'Article 6
7.

et dans
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eau 7 — Liste des critéres d'essai génériques

N° du critére d'essai

Définition

TC10s(unc) Toutes les 10 s, la mesure de fréquence doit étre comprise dans son incertitude
spécifiée.
TC10s(sam) Toutes les 10 s, la mesure de fréquence doit étre identique (dans deux fois

I'incertitude intrinséque).

TC(11< N <13)

Nombre de relevés de fréquence en 2 min: 11 < N <13

TC10/12(unc) Tous les 10/12 cycles de base, la mesure doit étre comprise dans son incertitude
spécifiée.
TC150/180(unc) Tous les 150/180 cycles, la mesure d'agrégation doit étre comprise dans son

incertitude spécifiée.

TC10/13(unc)-harm

Pour le ou les rangs harmoniques soumis a I'essai, toutes les mesures.de pase
sur 10/12 cycles doivent étre comprises dans l'incertitude spécifiée dans
I''EC 61000-4-7 classe I.

TC150/180(unc)-harm

Pour le ou les rangs harmoniques soumis aux essais, toutes les mesures
d'agrégation sur 150/180 cycles doivent étre comprises dans-l'incertitude gpécifiée
dans I'lEC 61000-4-7 classe I.

TC10 min(unc)-harm

Pour le ou les rangs harmoniques soumis aux essais, toutes les mesures
d'agrégation sur 10 min doivent étre comprises dans l{inCertitude spécifiée|dans
I''EC 61000-4-7 classe I.

TC150/180(unc)-thd

Le taux de distorsion harmonique est calculé selon la définition du taux de
distorsion harmonique de sous-groupe (THDS) dans I'lEC 61000-4-7.

TC10/13(unc)-interharm

Pour le ou les rangs interharmoniques seumis aux essais, toutes les mesufes de
base sur 10/12 cycles doivent étre comprises dans l'incertitude spécifiée dans
I''EC 61000-4-7 classe I.

TC150/180(unc)-interharm

Pour le ou les rangs interharmoniques soumis aux essais, toutes les mesufes
d'agrégation sur 150/180 cycles\doivent étre comprises dans l'incertitude gpécifiée
dans I'lEC 61000-4-7 classe I

TC10 min(unc)-interharm

Pour le ou les rangs interharmoniques soumis aux essais, toutes les mesufes
d'agrégation sur 10 minidoivent étre comprises dans l'incertitude spécifiée|dans
I''EC 61000-4-7 classe’l.

Le fabri¢ant peut procéder a
sont repfoductibles.

plusieurs répétitions successives du méme essai pour s'assurer que les [ésultats

5.2 Procédure d'essai

5.2.1 Appareil soumis’/a l'essai

L'appar¢il soumis as‘essai doit étre représentatif de I'appareil en production.

5.2.2 Conditions d'es

sai

Les conditions de référence d'essai définies dans la norme de produit associée |doivent

s'appliqUer, saufindicatio

mcontraire. Pour fes produits PQt, tes conditions de référence sont

spécifiées dans I'lEC 62586-1.

5.2.3 Equipement d'essai

L'équipement d'essai et s
dans le certificat.

Pour les essais de classe

a date d'étalonnage doivent étre spécifiés dans le rapport d'essai et

A, un appareil de synchronisation externe doit étre utilisé.

NOTE Des instructions sont fournies dans I'"Annexe H.
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6 Procédure d'essais fonctionnels pour les instruments conformes a la
classe A selon I'l[EC 61000-4-30

6.1

6.1.1

Fréquence industrielle

Généralités

La mesure de fréquence doit s'effectuer sur le canal de référence.

6.1.2

Méthode de mesure

Chaque essai doit durer au moins 2 min.

|
N° Objectif de I'essai Points d'essai selon Conditions d'essai Critére d'elssai (si
le Tableau 3 complémentaires I'essai s'applique)
A1.1.1 | Vérifier que l'intervalle Boucle (voir Compter le nombre de | FC10s(sam
moyen est de 10 s graph|qu§ cli- relevés de fréquence
dessous): en 2 min (N)
Triangle P1-P3 TC(1 1< NS13)
Durée: 5s
Triangle P3-P1
Durée: 5s
fHz
5s 10s 15s
6.1.3 Incertitude de mesure et étendue de mesure
6.1.3.1 Incertitude/dans les conditions de référence
Chaque|essai doitrdurer au moins 1 min.
N° Objectif de I'essai Points d'essai selon Conditions d'essai Critéere d'essai (si
le Tableau 3 complémentaires I'essai s'applique)
A1.2.1 | Veérifier I'étendue de mesure | P1 pour la fréquence N.A. TC10s(unc)
A1.2.2 | Vérifier I'étendue de mesure aP2 pour la fréquence N.A. TC10s(unc)
A1.2.3 | Vérifier I'étendue de mesure aP3 pour la fréquence N.A. TC10s(unc)

Les instruments destinés a fonctionner a 50 Hz doivent utiliser les chiffres fournis a la ligne "Fréquence
50 Hz" dans le Tableau 3. Les instruments destinés a fonctionner a 60 Hz doivent utiliser les chiffres fournis
a la ligne "Fréquence 60 Hz" dans le Tableau 3. Les instruments destinés a fonctionner a 50 Hz et 60 Hz
doivent utiliser les chiffres fournis aux deux lignes "Fréquence 50 Hz" et "Fréquence 60 Hz".

6.1.3.2 Variations en fonction des grandeurs d'influence uniques

Chaque essai doit durer au moins 1 min.
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N° Objectif de I'essai Points d'essai selon Conditions d'essai Critére d'essai (si
le Tableau 3 complémentaires I'essai s'applique)
A1.3.1 Mesurer l'influence de P2 pour la fréquence 2° S1 pour I'amplitude de | TC10s(unc)
I'amplitude de tension sur la tension
I'incertitude de mesure (pour
les calculs ultérieurs requis
a I'Article 8).
A1.3.2 | Mesurer l'influence des P2 pour la fréquence 2° S1 pour les TC10s(unc)
harmoniques sur harmoniques
I'incertitude de mesure (pour
les calculs ultérieurs requis
a I'Article 8).
a8 Les instruments destinés a fonctionner a 50 Hz doivent utiliser les chiffres fournis a la ligne "Fréquence
50 ::L" dGIID :U Tab:cau 3. LCD ;IIOtIuIIIUIItO dcat;lléo a fUII\Jt;UIIIIUI C‘Z CC ::L dU;VUIIt ut;:;DUI :UO bhlfflUO fOUrnIS
ala ligne "Fréquence 60 Hz" dans le Tableau 3. Les instruments destinés a fonctionner a 50 Hz et\6Q Hz
doivent utiliser les chiffres fournis aux deux lignes "Fréquence 50 Hz" et "Fréquence 60 Hz".
b La mlesure de fréquence s'effectue sur le canal de référence.
6.1.4 Evaluation de mesure
N° Objectif de I'essai Essai
A1.4.1 Canal de référence Il doit étre vérifié que la mesure de\fféquence s'effectue sur lefcanal
de référence.
6.1.5 Agrégation de mesure

L'agrégation n'est pas requise pour la fréquence industrielle.

6.2 Amplitude de la tension d'alimentation
6.2.1 Méthode de mesure
Chaque|essai doit durer au moins 20-s.
N° Objectif de I'essai Essai
A2.1.1 || Vérifier les mesures sans Un essai doit étre réalisé conformément aux exigences de I'Anphexe F.
intervalles et sans
chevauchement
NOTE | es essais suivants ne sont pas répertoriés ici car ils sont couverts par d'autres essais: vérifier la
mesure gfficace vraie/(couverte par d'autres essais), vérifier la précision de base de la mesure de 10/12|cycles
(couverte par d'adtres essais)
6.2.2 Lincertitude de mesure et étendue de mesure
6.2.2.1 Incertitude dans les conditions de référence

Chaque essai doit durer au moins 1 s.

N° Objectif de I'essai Points d'essai selon Conditions d'essai Critére d'essai (si
le Tableau 3 complémentaires I'essai s'applique)
A2.2.1 | Vérifier I'étendue de mesure | P1 pour I'amplitude de | N.A. TC10/12(unc)
la tension
A2.2.2 | Vérifier I'étendue de mesure | P3 pour I'amplitude de | N.A. TC10/12(unc)
la tension
A2.2.3 | Vérifier I'étendue de mesure | P5 pour I'amplitude de | N.A. TC10/12(unc)

la tension
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Variations en fonction des grandeurs d'influence uniques

Chaque essai doit durer au moins 1 s.

N° Objectif de I'essai Points d'essai selon Conditions d'essai Critéere d'essai (si
le Tableau 3 complémentaires I'essai s'applique)
selon le Tableau 4

A2.3.1 Mesurer l'influence de la P3 pour I'amplitude de | S1 pour la fréquence N.A.
fréquence sur l'incertitude la tension -
de mesure (pour les calculs S3 pour la frequence N.A.
ultérieurs requis a
I'Article 8).

A2.3.2 | Mesurer l'influence des P3 pour I'amplitude de | S1 pour les TC10/12(unc) sur le
hearroftetes-st te-tenston harmontates ehHeempearg a une
I'incertitude de mesure (pour tension de
les calculs ultérieurs requis référence
a I'Article 8).

6.2.3 Evaluation de mesure
Non applicable.
6.2.4 Agrégation de mesure
6.2.4.1 10/12 cycles avec 10 min de synchronisation
Chaque|essai doit durer au moins 11 min et doit contenir au moins deux impulsions d¢ 10 min
RTC consécutives.
N° Objectif de I'essai Points d'essai\selon Conditions d'essai Critéres d'essai
le Tableau 3 complémentaires (si I'egsai
s'applique)

A2.4.1 | Vérifier le chevauchement P3 pourl'amplitude de | /= 59,99 Hz (couvrant | Soumettre 3 I'essai
d'agrégation 1 la tension 60 Hz) ou = 49,99 Hz | la balise temporelle

(couvrant 50 Hz) ainsi que le[numéro

) , o de séquenck des

Dureg de l'essai = blocs afin dk

11 min rétablir une
synchronisdtion
correcte avec les
impulsions ¢le
10 min, spégifiée
dans I'lEC §1000-4-
30.

Il convient quwne~impulsion de 10 min se produise au cours de l'intervalle de temps de 10/12 cycles

numéro B 000.

NOTE 49,99 Hz = (2 999,5/600) x 12; 49,99 Hz = (2 999,4 / 600) x 10

6.2.4.2 Agrégation de 150/180 cycles avec 10 min de synchronisation

Chaque essai doit durer au moins 11 min et doit contenir au moins deux impulsions de 10 min
RTC consécutives.
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N° Objectif de I'essai Points d'essai selon Conditions d'essai Critére d'essai (si
le Tableau 3 complémentaires I'essai s'applique)
A2.51 Veérifier le chevauchement Boucle (voir f=50,125 Hz Soumettre a I'essai
d'agrégation 2 graphique ci- (couvrant 50 Hz) et/ou I'agrégation des
dessous): 60,15 Hz (couvrant données
L L 60 Hz) selon le choix 10/12 cycles dans
— variation linéaire de | 4 fapricant l'intervalle de
la tension de P1 a 150/180 cycles par
P3 pendant une rapport aux
durée de 1 min, impulsions de
puis 10 min, comme
— variations linéaires s'pecme dans
de la tension de P3 I'"EC 61000-4-30.
a P1 pendant une
>
1 min 2 min 3 min
NOTE 1 Le temps . sur l'axex n'est pas
nécessairement synchronisé sur l'impulsion
de 10 min.
Il convignt qu'une impulsion de 10 min se produisexau® milieu de l'intervalle de temps de 150/180 cycles
numéro P01.
NOTE 2| 50,125 Hz = (200,5/ 600) x 150; 60,45-Hz = (200,5 / 600) x 180
6.2.4.3 Agrégation de 10 min
Chaque|essai doit durer au 'moins 11 min et doit contenir au moins deux impulsions d¢ 10 min

RTC co

nsécutives.
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N° Objectif de I'essai Points d'essai selon Conditions d'essai Critére d'essai
le Tableau 3 complémentaires
selon le Tableau 4
A2.6.1 | Vérifier I'agrégation de Boucle (voir S2 pour la fréquence Soumettre a I'essai
10 min. graphique ci- I'agrégation des
dessous): données 10/12
- S cycles dans
— variation linéaire de l'intervalle de
la tension de P1 a 10 min par rapport
P3 pendant une aux impulsions de
durée de 1 min, 10 min. comme
puis spécifié dans
— variations linéaires I"EC 61000-4-30.

de la tension de P3

a-R1-pendaniune

durée de 1 min

1 min 2 min 3 min

NOTE Le temps sur}faxe x n'est pas
nécessairement syAchronisé sur I'impulsion
de 10 min.

6.2.4.4 Agrégation de 2 h

Si applicable, I'essai doit étre réalisé conformément au tableau ci-dessous:

N° Objectif de I'essai Points d'essai selon Conditions d'essai Critére d'epsai (si
le Tableau 3 complémentaires I'essai s'agplique)
A2.7.1 Vérifier I'agrégation_de-2'h. Il doit étre vérifié que la valeur agrégée de 2 h est fournie par
I'équipement soumis a I'essai.

6.3 Pjapillotement

L'essai floit €tre réalisé conformément aux exigences d'essai de I'lEC 61000-4-15.

6.4 Coupures, creux et surtensions de la tension d'alimentation

6.4.1 Généralités

NOTE D'autres instructions d'essai sont fournies dans I'Annexe D et dans I'Annexe E.


https://iecnorm.com/api/?name=a98f3c221ce0f038ffbe19a59a7b3e28

IEC 62586-2:2017 © |IEC 2017

- 169 —

N° Objectif de I'essai Points d'essai selon Conditions d'essai Critéres d'essai
le Tableau 3 complémentaires (si I'essai
s'applique)
A4.1.1 Vérifier que les tensions P4 pour la fréquence @ | Cet essai ne nécessite | — Vérifier, pour
Ueﬁi%) sont synchronisées pendant au moins pas de générateur chaque canal,
independamment sur 15s 9 synchronisé. que la séquence
g:‘?cigfoc.:anal au passage Il convient d'effectuer | — A T1, injecter une Ic:iﬁs({?H%%:tagsst
un palier de ten3|9n coupu're ao %,de conforme a la
au passage par zéro. Uy, d'une cliu‘ree de séquence définie
2 cyclgs suivie par a la Figure 4.
un palier a 90 % de
Uy, d'une durée de — Veérifier la balise
2 cycles, puis un temporelle de
régime établi a 94 % Uggiyyy (N + 1) sur
de Uy, surle lecanal 1: T1 +
canal 1. Y cygley
-AT1+ 10cycles + 1/3 | — Vérifier qpe la
cycle, appliquer le balise temporelle
méme profil sur le de Ueti) (N+1)
canal 2. sur le carfal 2 est
— A T1+ 20 cycles T +10.9
1/3 cycle, appliguet cycles + ' cycle.
le méme prefil sur le — Vérifier qfie la
canal 3. balise temporelle
Voir Figlire™ et de Usiiy| (V- 1)
Figure 2, sur le carjal 3 est
T1 + 20,5/ cycles+
Y2 cycle.
A4.1.2 | Vérifier I'exigence de P5 pour les Cet essai ne nécessite | Vérifier que|toutes
précision de I'amplitude et surtensions P pas de générateur les durées ¢t
de la durée ¢ i p synchronisé. amplitudes
P4 pour la fréquenge . i relevées suf les
a variation _ mesures de
cPr?;:S)?/Lél;)luepsures b d'amplitude du signal creux/surtepsion/co
pour créer de§ upure sont
P4 pour fa-fréquence @ creux/surtensions/coup | conformes 4
ures sera simultanée I'"EC 61000}4-
dans le temps. 30:2015, 5.4.5.1
L'essai doit étre (exigence de
réalisé avec les durées | Precision de
suivantes: 1; 1,5; 2,5; I'amplitude)f et
10; 30 et 150 cycles. 5.4.5.2 (exigence
de précision de la
Voir Figure 5, durée).
Figure 6, Figure 7 et i
Figure 8 Les résultats de
durée attenflus
correspondént a
une durée ipjectée
de £ 1 cyclg. Voir
Figure 5 et Figure 6
dans lesquglles la
durée attenflue est
de 3 cycles
+ 1 cycle.
Les résultats
d'amplitude
attendus
correspondent a
une amplitude
injectée au point
d'essai Px de
£0,2 % Uy, (Px
correspondant a P5
ou P3).
A4.1.3 | Vérifier le seuil. P2 pour les Cet essai ne nécessite | Vérifier que la

surtensions P ¢

P4 pour la fréquence @

pas de générateur
synchronisé.

précision de la
durée est conforme
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N° Objectif de I'essai Points d'essai selon Conditions d'essai Critéres d'essai
le Tableau 3 complémentaires (si I'essai
s'applique)
P1 pour les La variation a I'.IEC 61000-4-
surtensions © ¢ d'amplitude du signal 30:2015, 5.4.5.2.
; pour créer des Le résultat de
P4 pour la fréquence * creux/surtensions/coup | qurée attendu
P2 pour les ures sera simultanée correspond a 2,5
creux/coupures ° © dans le temps. cycles + 1 cycle.
P4 pour la fréquence 2 L'essai doit étre
réalisé avec la durée
P1 pour les suivante: 2,5 cycles.
creux/coupures ° ¢
P4 lofei
P4-petrta-fréguence
A4.1.4 | Vérifier I'influence de la P1 pour la fréquence @ Cet essai ne nécessite | Vérifiernque|la
fréquence du réseau. pas de générateur précision deg la
P3 pour les b synchronisé. durée est conforme
creux/coupures 50 5.4.52 de
La variation ‘
; I'"EC 61000}4-
P3 pour la fréquence @ d'amplitude du signal 30:2015
P3 pour les pour créer des ' ’
creux/coupures b creux/surtensions/coup | Le résultat ge
ures sera simultanée durée attenflu
dans le temps. correspond
. N4 respectivenjent a 2
L'essai doit.&tre et 30 cycles
réaliséaavec les durées
+
suivantes: 2 et 30 + 1 cycle.
cycles.
A4.1.5 | Vérifier les Un essai doit étre réalise‘conformément aux exigences du 6.4.P et du
creux/coupures/surtensions 6.4.3.
dans un réseau polyphasé
A4.1.6 | Vérifier la référence de 1) Configuration: Voir Figure 9 Il convient de ne
tension de glissement — choisir la tension de détecter augun
fonctionnement en régime référence de creux.
établi © glissementavec un
seuil de“creux défini
sun90 % de U,
hysterésis = 2 % de
Udin'
2) Injecter la tension
en régime établi a
Uy, Pendant au moins
5 min. Réduire
ensuite I'amplitude de
tension a 95 % de
Uy, PENdant 5 min,
puis a 87 % de Uy,
pendant 5 min.
3) Injecter un creux Veérifier que|
d'une durée de 5 I'instrument|{détecte
cveles 3 50 % de [ up-creux-a-%7.5 %
7 am ,
de U, -
NOTE 57,5 % =
50/87 x 100 %
A4.1.7 | Vérifier la référence de 1) Configuration: Voir Figure 10 L'instrument doit

tension de glissement —
condition de démarrage de
la référence de glissement ©

choisir la tension de
référence de
glissement avec un
seuil de creux défini
sur 90 % de Uy,
hystérésis = 2 % de
Udin'

2) Mettre l'instrument
sous tension avec 0 V
injecté aux tensions
d'entrée.

détecter un début
de coupure.
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N° Objectif de I'essai Points d'essai selon Conditions d'essai Critéres d'essai
le Tableau 3 complémentaires (si I'essai
s'applique)
3) Apres 5 min + Vérifier que
temps d'amorgage de I'instrument a
I'instrument, injecter détecté une fin de
la tension = Uy;, coupure.
NOTE 2 L'objectif
est de vérifier que la
tension de référence
de glissement est
générée a partir d'une
valeur initiale de Uy,
et qu'elle n'est pas
actualisée tant que la
tension n'est pas
appliquée.
a8 Les instruments destinés a fonctionner a 50 Hz doivent utiliser les chiffres fournis a la ligne "Fréquer|ce
50 HEz" dans le Tableau 3. Les instruments destinés a fonctionner a 60 Hz doivent utiliser4es chiffres|fournis
a la ligne "Fréquence 60 Hz" dans le Tableau 3. Les instruments destinés & fonctionnerd 50 Hz et 60 Hz
doivent utiliser les chiffres fournis aux deux lignes "Fréquence 50 Hz" et "Fréquence 60 Hz".
b Poin{s d'essai P1, P2, P3, P4 et P5 décrits dans le Tableau 3.
¢ Le ppint d'essai P1 ne doit pas étre identifié comme un creux/une surtension et le point d'essai P2 doit étre
iden{ifié comme un creux/une surtension.
4 La valeur recommandée pour le seuil de creux est de 90 % de Uy et la valeur recommandée pouf le seuil
de syirtension est de 110 % deUdin, hystérésis = 2 %.
€ L'utiljsation de la tension de référence de glissement est. facultative. Cet essai n'est applicable dque si le
fabrigant implémente la tension de référence de glissement:
U/V (volts) Signal d'essai phase 1
15 T T T T T
100G =1 —
50) —
o _
sd—
-104—
sd 1 1 1 I 1
0 \ 5 10 15 20 25 30
Passage par zéro-a’'T1 Nombre de cycles
U/V (volts) Signal d'essai phase 2
15 T T T T
100— : :
50—
Of
-50
-10(
% s " = » » 30
Passage par zéro a T1 + 10 cycles Nombre de cycles
U/V (volts) Signal d'essai phase 3
15 -
‘ T
104
50
Of
sq _|
-10( —
sd 1 1 1 I 1
0 5 10 15 20 25

Passage par zéro a T1 + 20 cycles

Nombre de cycles 0

IEC

Figure 1 — Vue d'ensemble de I'essai pour les creux conformément a I'essai A4.1.1
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uv (volts’)‘ . 1/2 cycle efficace phase 1
1o i 0.0.000000006000000000600000000060000000000006000000000
80— % = —
P Rk
60— - O : —
40— —
20— —
-0-O | | | | |
0 5 10 15 20 25 30
Nombre de cycles
U/V (volts) e 12 cycle efficace phase 2
1 T T “'.. I 6060.0000000000000000000000000-00J
60— . .0 |
40— 3 -
20— _: —
i i 5ol i i
0 10 15 20 25 30
® Nompre de cycles
UV (volts) 112 cycle efficace phase 3
100 o-d-oo000060000606600000000000060006000600606000000086
] ] I , P )
80— i - —
0. .
60— R o |
40— —
20— x —
| | | | oo |
0 5 10 15 20 30
NomHre de cycles
IEC
Figure 2 — Détail 1 de la forme d'onde pour I'essai
des creux conformément a I'essai A4.1.1
DmOnOmOmOn®, Udin
S W)_O_Q_Q_Q_Q_ 2 % hystérés|s
90 %
@)
@)
o
2 % hystérés
& SRR 0%
Durée Vdip
Début Vdip Fin Vdip

Figure 3 — Détail 2 de la forme d'onde pour les essais

des creux conformément a lI'essai A4.1.1

IEC
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U U U U U U U U
ff(%% ff(Y% (Y2 ff(% (% ff(% ff(%% ff(%%
eN( ) Ne+(1) 1\?+(2) Ne+(3) Ne+(4) Ne+(5) Ne+(6) Ne+(7)
100 % 70,7 % 0% 0% 0% 63,6 % 90 % 90 %
U U U U U U U U
ff(%% ff(%% ff(Y2 ff(2 (2 (2 ff(Y2 (2
Vg Vg N9 N N3 N N Nos
90 % 92 % 94 % 94 % 94 % 94 % 94 % 94 %
IEC
Figure 4 — Détail 3 de la forme d'onde pour les essais
des creux conformément a I'essai A4.1.1
Volts Signal d'essai: creux de 60 %, 2,5 cycles
150 - -
L1101 T . frmmmennnes e
. ST I S+ S S B AT
(o) "N NN ISR NI I I PR A R - AU R -
O ) [ LR S I PR R .
-100 bommnnnnns - R S .
150 i I I i
2 3 4 5

des creux conformément a lI'essai A4.1.2

Cycles
IEC

Figure 5. — Détail 1 de la forme d'onde pour I'essai
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1/2 cycle efficace

Volts
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" ! ! " ! "
A Qe A AN ¢
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| L m | |
e e
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' | ' 1 ' '
! ! ' i ' !
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' | ' 1 ' '
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: m : @ : :
! ! ! i ! !
e
| m | | | |
m b m : m m
e
= S S S S
o 0] © < N

Cycles

6

IEC

Détail 2 de la forme d'ondepour les essais

Figure 6 —

I'essai A4.1.2

des creux conformément a

Signal d'essai: surtension de 200 %, 2,5

Volts

%

omrclac

300
200 f----------
100 [

Cycles

6

IEC

Figure 7 — Détail 1 de la forme d'onde pour I'essai

des surtensions conformément a I'essai A4.1.2
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Figure 8 — Détail 2 de la forme d'onde\pour les essais

des surtensions conformément-aJVessai A4.1.2

uv

Udin

95 % Udin

87 % Ulin

50 % Ulin

Temps

IgC

Figure 9 — Essai de la tension de référence de glissement
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UV
Udin

Temps
IEQ

Figure 10 — Condition de démarrage de la référence de glissement

6.4.2 Vérification des creux/coupures dans un réseau polyphasé
N° Objectif de I'essai Points d'essai selon le Conditions d'eSsai Critéres d'esisai (si
Tableau 3 complémentaires I'essai s'apﬂlsique)
A4.2.1 Vérifier que les creux et |P4 pour la fréquence Cet essai ne_nécessite — Pour chaque danal,

vérifier que la
séquence de U

pendant au moins 15 s pas de générateur

synchronisé.

les coupures sont

correctement détectés .
dans un réseau Seuil de creux = 90 % de

U hystérésis = 2 % c " . dans l'instrumgnt
polyphasé, en appliquant |Yains NYSIEresis =2 % - omnpen;:er‘ eT]sal conforme a la
un essai unique avec une|Ydin 2‘{?_0_ es ro%p ases séquence défipie a

- _ éfinies sur
perturbation non Seuil de coupure = 10 %

din* la Figure 13.
synchrone & 3 phases de Uy, hystérésis =2.% |- A t1 (synchronisé au

contenant a la fois un e Udfn
n

passage par zéro sur
creux et une coupure.
Il convient d'effectuer

A
(e)st

— Vérifier que la|valeur
relevée pour la durée

la phase 1), injecter de creux polyghasée

0% de U, _surla
des paliers de\ténsion au phsse 1 din est correcte e
passage par Zeéro pour ’ correspond a
chaque phase. — At1+1 cycle 6,5 cycles (daps la

(synchronisé au
passage par zéro sur
la phase 2), injecter
0 % de Uy, surla
phase 2.

A t2 (synchronisé au
passage par zéro sur
la phase 3), injecter
0 % de Uy, surla
phase 3.

A t3 (synchronisé au
passage par zéro sur
la phase 3), injecter

précision de t¢mps
définie dans
I''EC 61000-4{30).

Vérifier que lalvaleur
relevée pour la durée
de coupure pdlyphasée
est correcte e
correspond a |,5 cycle
(dans la précision de
temps définie dans
I''EC 61000-4{30).

Veérifier que la|valeur
relevée pour la tension
restante sur Ig durée

400 0/ A LL |
LA A T A s

phase 3.

A t3+1 cycle
(synchronisé au
passage par zéro sur
la phase 2), injecter
100 % de Uy, sur la
phase 2.

A t4 (synchronisé au
passage par zéro sur
la phase 1), injecter

100 % de Uy, sur la

phase 1.

Voir Figure 11, Figure 12
et Figure 13.

de creux polyphasée
est correcte et
correspond a 0 % de
Ui, (dans la précision
d'amplitude définie par
I'EC 61000-4-30).
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Phase 3 E i i i
Phase 2 —————=— ] v
Phase 1 ! |

) i Seuil du creux

i i Seuil de l'interruption

t1 ]‘: i i '"E t4 Durée DDIR
Début du creux — < i
5 2 | [t3] = Durée DINF

Début de l'interruption -

b figure n'est pas a I'échelle.

uv A /\
Phase 1

e 11 — Détail 1 de la forme d'onde pour I'essai des(creux/coupures polyph

A

VY
AN

VY
AN

AR

J VY
AA

s LN
VY

YRUAY

asés

t1

t2

t3

t4

Temps

IEC

Figure 12 — Détail 2 de la forme d'onde pour I'essai des creux/coupures polyphasés
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U U U U U U U U
ff(% (% (% (% (% (% (% (%
eN( ) Ne+(1) Ne+(2) Ne+(3) Ne+(4) Ne+(5) Ne+(6) Ne+(7)
(début du (début de
creux) la
coupure)
Phase 1 100 % 70,7 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Phase 2 100 % 100 % 100 % 70,7 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Phase 3 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 70,7 % 0 % 0 %
U U U U U U U U
(% (% (% (% (% (% (% (%
Ne+(8) Ne+(9) Ne+(1(3 Ne+(1{ Ne+(1% Ne+(1:% Ne+(141 Ne+(1§
(fin de la (fin du
coupure) creux)
Phase 1 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 70,7 % 100,'% 100 %
Phase 2 0 % 0 % 0 % 70,7 % 100 % 100 % 100"% 100 %
Phase 3 0 % 70,7 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
IEC
Figue 13 — Détail 3 de la forme d'onde pour I'essai des creux/coupures polyphasés
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6.4.3 Vérification des surtensions dans un réseau polyphasé
N° Objectif de I'essai Points d'essai selon Conditions d'essai Critéres d'essai (si
le Tableau 3 complémentaires I'essai s'applique)
A4.3.1 Veérifier que les P4 pour la fréquence Cet essai ne nécessite Pour chaque canal,
surtensions sont pendant au moins 15 s pas de générateur vérifier que la
correctement détectées ) L synchronisé. séquence de Uy,
dans un réseau Sewlde surtension = ‘ _ dans l'instrument est
polyphasé, en 110 % de U_din’o - Commencer l'essai conforme a la
appliquant un essai hystérésis = 2 % de avec les trois séquence définie a
unique avec une Usin rlJJhases definies sur la Figure 15.
injection de sur{en5|on Les paliers de tension din- _ Vérifier que la valeur
non synchrone a 3 doivent étre effectués — A t1 (synchronisé relevée pour la durée
phases. au passage par zéro au passage par de surtension
pour chaque phase zéro sur la potyphaséeest
phase 1), injecter correcte ef
130 % de Uy, sur correspond 3
la phase 1. 6,5 qycles (dans la
— At141 cycle précision de femps
[ definie dans
(synchronisé au .
passage par zéro ["EC 61000-4-30).
sur la phase 2), ~ Veérifier que la valeur
injecter 130 % de relevée pour
Uy, sur la phase 2. I'amplitude dé
- At1+2cycles surtension
(synchronisé au Eglrilggta::te gt
passage par zero correspond al 150 %
surda phaseo3), de U, (dand Ia
Y i
gjec;e;rr ?:%h/;sdee3 précislinon d'amplitude
din ’ définie par
<\'A t1 + 4 cycles I''EC 61000-4-30).
(synchronisé au
passage par zéro
sur les phases 1 et
3), injecter 100 %
de Uy, sur les
phases 1 et 3.
— A t3 (synchronisé
au passage par
zéro sur la
phase 2), injecter
100 % de Uy, sur
la phase 2.
Voir Figure 14 et
Figure 15.
A
]
. ) 1
Amplitude de|| | e !
. Ir —
sulitension ) :
I :
H |
! |
: i Seuil de surtension
' l
) |
Phase 2 ) I:
Phase 3 ! :
< >| DPOLYSWL = t3-t1
Débutde  » !
surtension |t
E t3

Figure 14 — Détail 1 de la forme d'onde pour I'essai des surtensions polyphasées

IEC
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B I v I T B B B B G
(début de la
surtension)
Phase 1 100 % 116 % 130 % 130 % 130 % 130 % 130 % 130 %
Phase 2 100 % 100 % 100 % 116 % 130 % 130 % 130 % 130 %
Phase 3 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 127,5 % 150 % 150 %
P O I T I e O B B e B e B
(Fin de-la
surtensio
n)
Phase 1 130 % 116 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Phase 2 130 % 130 % 130 % 130 % 130 % 116 % 100 % 100 %
Phase 3 150 % 127,5 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

IEC

Figlire 15 — Détail 2 de la forme d'onde pour I'essai des surtensions polyphasées

6.5 Déséquilibre de tension d'alimentation

6.5.1

Utiliser
les vale

NOTE L

Généralités

une source d'alimentation en courant alternatif 'a 3 canaux respectant ou dépassant

irs de stabilité suivantes dans les conditions-de référence: tension + 0,05 %

es conditions de référence pour PQI sont définies dans I'lEC 62586-1.



https://iecnorm.com/api/?name=a98f3c221ce0f038ffbe19a59a7b3e28

IEC 62586-2:2017 © |IEC 2017

6.5.2

- 181 -

Méthode de mesure, incertitude de mesure et étendue de mesure

NO

Objectif de I'essai

Conditions d'essai

Conditions d'essai
complémentaires

Critére d'essai (si
I'essai s'applique)

A5.1.1

Veérifier la précision de
la mesure de
déséquilibre.

Connecter une source
d'alimentation en
courant alternatif a 3
canaux et procéder aux
réglages suivants:

Canal 1 (L1 a N) sur
100 % de Udin

Canal 2 (L2 a N) sur
100 % de Udin

N.A.

Vérifier si ug et

u, se

2

situent entre 0 % et

0,15 %.

Canal 3 (L3 a N) sur
100 % de Udin

A5.1.2

Veérifier la précision de
la mesure de
déséquilibre.

Connecter la source
d'alimentation en
courant alternatif a 3
canaux et procéder aux
réglages suivants:

Canal 1 (L1 a N) sur
73 % de Udin

Canal 2 (L2 a N) sur
80 % de Udin

Canal 3 (L3 a N) sur
87 % de Udin

N.A.

Vérifier-si iy et
situent entre 4,
5,2 %.

u, se
D % et

A5.1.3

Veérifier la précision de
la mesure de
déséquilibre.

Connecter la source
d'alimentation en
courant alternatif a 3
canaux et procéder au¥x
réglages suivants:

Canal 1 (L1 a N)sur
152 % de Udin

Canal 2,(£2 a N) sur
140 % de Udin

Canal3 (L3 a N) sur
128"% de Udin

N A

Vérifier si ug et
situent entre 4,
5,1 %.

u, se
B % et

A5.1.4

Veérifier la précision de
la mesure de
déséquilibre aveg-le
déphasage avec\un
réseau a 4 fils.

Connecter une source
d'alimentation en
courant alternatif a 3
canaux et procéder aux
réglages suivants:

Canal 1 (L1 a N) sur
100 % de Uy;,, 0°

Canal 2 (L2 a N) sur
90 % de Ugjn, —122°

N.A.

Vérifier si u
0,15 %

etsiuy=4,52%
0,15 %.

2 =2,

7 % =

I+

Canal 3 (L3 a N) sur
100 % de Ugjn, +118°

6.5.3

Agrégation

Il doit étre vérifié que les valeurs agrégées sont fournies par I'équipement soumis a l'essai.
Aucun essai de précision des valeurs agrégées n'est exigé.

6.6 Harmoniques de tension

6.6.1 Méthode de mesure

Chaque essai doit durer au moins 10 s.
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N° Objectif de I'essai Points d'essai selon Conditions d'essai Critére d'essai (si
le Tableau 3 complémentaires I'essai s'applique)

A6.1.1 Veérifier que les intervalles Un essai doit étre réalisé conformément aux exigences de I'Annexe F.
de mesure 10/12 cycles sont
sans intervalles et sans
chevauchement.

A6.1.2 | Vérifier que les mesures Appliquer les N.A. TC10/12(unc)-harm
10/12 cycles utilisent la conditions de pour la 2¢
mesure de sous-groupe référence, plus P1 pour harmonique (la 2°¢
harmonique (U_, ) issue de |les harmoniques harmonique est
I'"EC 61000-4-7" (vérifier la mesure du présente a 5 %)

sous-groupe de base)
Appliquer les N.A. TC10/12(unc)-harm
alids <l 1 ne
CUTIUTUIUITITS UtT |JUUI a o
référence, plus P1 harmoniqug (aucun
pour les contenussignificatif
interharmoniques détecte)
Appliquer les N.A. TC10/12(unc)-harm
conditions de pour la 2¢
référence, plus S4 harmoniqug (la 2°¢
pour les harmoniqug est
interharmoniques présente a g %)

A6.1.3 | Vérifier que les mesures N.A. N.A. Verifier qu'au
sont effectuées au moins moins 50
jusqu'au 50°€ rang. harmoniqugs sont

fournies paf
I'appareil

A6.1.4 | Sile taux de distorsion Appliquer les N.A. TC150/180{unc)-
harmonique est calculé, conditions de thd (distorsjon
vérifier qu'il s'agit du taux référence plus P5 significativg
de distorsion harmonique de | pour les harmoniques détectée)
sous-groupe (THDS) issu de -

I'"EC 61000-4-7. Appliquer les N.A. TC150/180{unc)-
conditions de thd (aucung
référence plus P5 distorsion
pour les significativg
interharmoniques détectée)

A6.1.5 | Vérifier qu'un facteur de Appliquer les N.A. TC150/180{unc)-
créte d'au moins 2 est pris conditions de harm pour les 50
en charge par l'appareil référence, plus S1 harmoniqugs

pour les harmoniques
(facteur de créte de 2)

A6.1.6 | Vérifier qu'un filtrelanti- Appliquer les N.A. TC150/180{unc)-
repliement correctement conditions de harm pour les 50
congu est utjlisg sur référence, plus 10 % harmoniqugs
I'appareil et)qu'il assure (en de Ugin @ 75,0 x la (aucun replfement
combinaison avec le fréquence détecté)
suréchantillonnage) un fondamentale 2
affaiblissement de plus de -

50,48 de toutes les Appliquer les N.A. TC150/180{unc)-

fréquences produisant un cg‘n’ditions dle o harm pour les 50

allas Jusqua 1a 50 FETEreRee prus—o—7 REFMeMQUEs

harmonique. de Ui, @ 150,0 x la (aucun repliement
fréquence détecté)
fondamentale 2.
Appliquer les N.A. TC150/180(unc)-
conditions de harm pour les 50
référence, plus 10 % harmoniques
de Ui, @ 501,0 x la (aucun repliement
fréquence détecté)
fondamentale 2.

a8 Seuls trois points d'essai anti-repliement obligatoires sont définis ici afin de simplifier les exigences
minimales de l'essai. Toutefois, selon les caractéristiques de fréquence d'échantillonnage et de filtre de
I'appareil soumis a l'essai, un autre contenu spectral peut étre requis pour évaluer correctement le
fonctionnement d'un filtre anti-repliement. Le laboratoire d'essai appliquant cette procédure peut également
choisir d'appliquer un ensemble de signaux a large spectre en tant qu'essai plus exhaustif du filtre anti-
repliement, en utilisant un analyseur de réseau ou un équipement similaire.
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Incertitude de mesure et étendue de mesure

Incertitude dans les conditions de référence

Chaque essai doit durer au moins 10 s.

N° Objectif de I'essai Points d'essai selon Conditions d'essai Critére d'essai (si
le Tableau 3 complémentaires I'essai s'applique)

A6.2.1 | Vérifier I'incertitude de Conditions de N.A. TC150/180(unc)-
mesure — harmonique paire référence plus P1 harm pour les
unique pour les harmoniques harmoniques

applicables

A6.2.2 | Vérifier I'incertitude de Conditions de N.A. TC150/180(unc)-
mesure — harmonique référence plus P2 harm pour;Es
impaire unique pour les harmoniques harmoniqu

applicables

A6.2.3 | Vérifier l'incertitude de Conditions de N.A. TC150/180(func)-
mesure — harmonique référence plus P3 harm pour lgs
élevée unique pour les harmoniques harmoniqu

applicables

A6.2.4 | Vérifier I'étendue de mesure | Conditions de N.A. TC150/180(unc)-

— extrémité inférieure référence plus P4 harm pour lgs
pour les harmoniques harmoniques
applicables

A6.2.5 | Vérifier I'étendue de mesure | Conditions de N.A, TC150/180(func)-

— extrémité supérieure référence plus P5 harm pour lgs
pour les harmoniques harmoniquels
applicables

NOTE Les valeurs sur 150/180 cycles sont choisies pour cés.essais afin de simplifier I'extraction des données,

car il sqgra nécessaire d'extraire les données de mesurepour les 50 harmoniques. Cette procédure lest plus

facile dgns une fenétre de 3 s que dans une fenétre plus(courte.
6.6.2.2 Variations en fonction des-grandeurs d'influence uniques
Chaque|essai doit durer au moins 107s.
N° Objectif de I'essai Points d'essai selon Conditions d'essai Critere d'essai (si
le Tableau 3 complémentaires I'essai s'aprplique)
selon le Tableau 4

A6.3.1 Vérifier I'influence_de la Conditions de S1 pour la fréquence TC150/180(func)-
fréquence sur l'incertitude référence plus P1 (fréquence la plus harm pour lgs 50
de mesure! pour les harmoniques faible) harmoniqu

(rang harmonique le

plus faible)

Conditions de S3 pour la fréquence TC150/180(func)-
référence plus P3 (fréquence la plus harm pour lgs 50
puul :UD :‘IGIIIIUII;LIUUD C’:CV&U) hdIIIIUII;qUCD
(rang harmonique le

plus élevé)

A6.3.2 | Vérifier I'influence de Conditions de S1 pour I'amplitude de | TC150/180(unc)-
I'amplitude de tension sur référence plus P2 tension (liaison la plus harm pour les 50
I'incertitude de mesure pour les harmoniques faible) harmoniques

Conditions de S3 pour I'amplitude de | TC150/180(unc)-
référence plus P2 tension (tension la harm pour les 50
pour les harmoniques plus élevée) harmoniques

NOTE Les valeurs sur 150/180 cycles sont choisies pour ces essais afin de simplifier I'extraction des données,
car il sera nécessaire d'extraire les données de mesure pour les 50 harmoniques. Cette procédure est plus
facile dans une fenétre de 3 s que dans une fenétre plus courte.
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Non applicable.

6.6.4
6.6.4.1

Agrégation de mesure
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10/12 cycles avec 10 min de synchronisation

Chaque essai doit durer au moins 11 min et doit contenir au moins deux impulsions de 10 min
RTC consécutives.

d'agrégation 1.

référence plus P2
pour les harmoniques

59,99 Hz

Durée de l'essai =
11 min

N° Objectif de I'essai Points d'essai selon Conditions d'essai Critére d'essai (si
le Tableau 3 complémentaires I'essai s'applique)
A6.4.1 | Vérifier le chevauchement Conditions de f=49,99 Hz ou Soumettre 3 I'essai

la balisentemnporelle
ainsi‘que lelnuméro
de*séquenck des
blots pour [p 3°
harmonique|.

NOTE §

Il convignt qu'une impulsion de 10 min se produise au cours de lintervalle _de temps de 10/12
numéro B 000.

9,99 Hz = (2 999,5/600) x 12; 49,99 Hz = (2 999,4 / 600) x 10

cycles

6.6.4.2

Chaque

Agrégation de 150/180 cycles avec 10 min.de synchronisation

RTC copsécutives.

essai doit durer au moins 11 min et doit contenir au moins deux impulsions de

10 min

N° Objectif de I'essai Points d'essai’selon Conditions d'essai Critére d'essai (si
le Tableau 3 complémentaires I'essai s'applique)
A6.5.1 | Vérifier le chevauchement Conseftver les f=50,125 Hz TC150/180(func)-

d'agrégation 2

conditions de
référence (y compris
un composant

fondamental constant)

et ajouter un contenu
harmonique variable
comme suit:

— démarrer a P2 pour

les harmoniques;

— effectuer une

décélération du
contenu
harmonique de

1 %/s jusqu'a ce
qu'il atteigne 0 %:

(couvrant 50 Hz) ou
60,15 Hz (couvrant
60 Hz) selon le choix
du fabricant

harm pour g 3¢
harmonique|, avec
I'agrégation
correcte deg
valeurs 10/12
cycles pour|chacun
des deux
intervalles
d'agrégation de
150/180 cygles se
chevauchart

— effectuer une

accélération du
contenu
harmonique de

1 %/s jusqu'a ce
qu'il atteigne P2;

— répéter la

procédure.

Il convient qu'une impulsion de 10 min se produise au milieu de lintervalle de temps de 150/180 cycles

numéro 201.

NOTE 50,125 Hz = (200,5/600) x 150;

60,15 Hz = (200,5 / 600) x 180
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6.6.4.3 Agrégation de 10 min

Chaque essai doit durer au moins 11 min et doit contenir au moins deux impulsions de 10 min
RTC consécutives.

N° Objectif de I'essai Points d'essai selon Conditions d'essai Critere d'essai (si
le Tableau 3 complémentaires I'essai s'applique)
A6.6.1 | Vérifier I'agrégation de Conserver les f=49,99 Hz ou TC10-min(unc)-
10 min. conditions de 59,99 Hz harm pour la
référence (y compris X , ) troisieme
un composant Durée de l'essai = harmonique, avec
fondamental constant) | 11 min I'agrégation
et ajouter un contenu correcte des
harmonique variable valeurs 10/12
comme suit: cycles em fdnction

des numéros de

— démarrer a P2 pour séquénce des blocs

les harmoniques;

— effectuer une
décélération du
contenu
harmonique de
1 %/s jusqu'a ce
qu'il atteigne 0 %;

— effectuer une
accélération du
contenu
harmonique de
1 %/s jusqu'a ce
qu'il atteigne P2;

— répéter la
procédure.

Il convignt qu'une impulsion de 10 min se produiséau cours de l'intervalle de temps de 10/12 cycles
numéro 3 000.

NOTE p9,99 Hz = (2 999,5/600) x 12; 49,99 Hz = (2 999,4 / 600) x 10

6.6.4.4 Agrégation de 2 h

Si applicable, I'essai doit éire réalisé conformément au tableau ci-dessous:

N° Objectif de\l'essai Points d'essai selon Conditions d'essai Critere d'egsai (si
le Tableau 3 complémentaires I'essai s'applique)
A6.7.1 | Vérifier JFagregation de 2 h. Il doit étre vérifié que la valeur agrégée de 2 h est fournie par
I'équipement soumis a l'essai.

6.7 Interharmoniques de tension

6.7.1 Méthode de mesure

Chaque essai doit durer au moins 10 s.
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N° Objectif de I'essai Points d'essai selon Conditions d'essai Critére d'essai (si
le Tableau 3 complémentaires I'essai s'applique)
A7.1.1 Veérifier que les intervalles Un essai doit étre réalisé conformément aux exigences de I'Annexe F.

de mesure 10/12 cycles sont
sans intervalles et sans

chevauchement.

A7.1.2 | Vérifier que les mesures Appliquer les N.A. TC10/12(unc)-
10/12 cycles utilisent la conditions de interharm pour les
mesure de sous-groupe référence, plus P1 deux
interharmonique (Ul.sg_h) pour les harmoniques interharmoniques
issue de I'lEC 61000-4-7. entourant la 2¢

harmonique (aucun
contenu significatif
sur les deux
interharmorjiques)

Appliquer les N.A. TC10/42(unfc)-
conditions de interharm ppur
référence, plus P1 linterharmagnique
pour les située entre la
interharmoniques fondamentdle et la

2¢ harmonique
(I'interharmenique
est présent¢)

A7.1.3 | Vérifier que les mesures N.A. N.A. Vérifier qu'gu moins
sont effectuées au moins 50
jusqu'au 50°€ rang. interharmorfiques
sont fournigs par
I'appareil

6.7.2 Incertitude de mesure et étendue de mesture
6.7.2.1 Incertitude dans les conditions de-référence

Chaque|essai doit durer au moins 10 s.

N° Objectif de I'essai Points d'essai selon Conditions d'essai Critéere d'essai (si
le Tableau 3 complémentaires I'essai s'applique)
A7.2.1 Vérifier l'incertitude de Conditions de N.A. TC150/180(und])-
mesure — aucune référence interharm pour Jes 50
interharmonique interharmoniques
A7.2.2 | Vérifier I'incertitude.de P1 pour les N.A. TC150/180(und])-
mesure — interharmoniques interharm pour Jes 50
interharmonigue interharmoniques
unique dedanyg
inférieur
A7.2.3 | Vérifier I'incertitude de P2 pour les N.A. TC150/180(und])-
mesure — interharmoniques interharm pour Jes 50
interharmonique interharmoniques
unique de rang moyen
A7.2.4 | Vérifier I'incertitude de P3 pour les N.A. TC150/180(unc)-
mesure — interharmoniques interharm pour les 50
interharmonique interharmoniques
unique de rang élevé
A7.2.5 | Vérifier I'étendue de P4 pour les N.A. TC150/180(unc)-
mesure — extrémité interharmoniques interharm pour les 50
inférieure interharmoniques
A7.2.6 | Vérifier I'étendue de P5 pour les N.A. TC150/180(unc)-
mesure — extrémité interharmoniques interharm pour les 50
supérieure interharmoniques

Les valeurs sur 150/180 cycles sont choisies pour ces essais afin de simplifier I'extraction des données, car il
sera nécessaire d'extraire les données de mesure pour les 50 interharmoniques. Cette procédure est plus facile
dans une fenétre de 3 s que dans une fenétre plus courte.
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6.7.2.2

Variations en fonction des grandeurs d'influence uniques
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Chaque essai doit durer au moins 10 s.

N° Objectif de I'essai Points d'essai selon Conditions d'essai Critére d'essai
le Tableau 3 complémentaires
selon le Tableau 4

A7.3.1 Vérifier l'influence de P1 pour les S1 pour la fréquence TC150/180(unc)-
la fréquence sur interharmoniques (rang | (fréquence la plus interharm pour les 50
I'incertitude de mesure. | interharmonique le plus | faible) interharmoniques

faible)

P3 pour les S3 pour la fréquence TC150/180(unc)-
interharmoniques (rang | (fréquence la plus interharm pour les 50
terharmontaueteptas—étevéey terharmontates
élevé)

A7.3.2 | Vérifier I'influence de P2 pour les S1 pour I'amplitude de TC150/180(und])-
I'amplitude de tension interharmoniques tension (liaison la plus interharmy pour Jes 50
sur l'incertitude de faible) interharmoniques
mesure -

P2 pour les S3 pour I'amplitude de TC150/180(und])-
interharmoniques tension (liaison la plus interharm pour jes 50
élevée) interharmoniques

Les valdurs sur 150/180 cycles sont choisies pour ces essais afin de simplifiek I'extraction des donnégs, car il

sera nédessaire d'extraire les données de mesure pour les 50 interharmoniquess Cette procédure est plus facile

dans ung fenétre de 3 s que dans une fenétre plus courte.

6.7.3 Evaluation de mesure
Non applicable.
6.7.4 Agrégation de mesure
6.7.4.1 10/12 cycles avec 10 min.de synchronisation
Chaque|essai doit durer au moins. 41 min et doit contenir au moins deux impulsions d¢ 10 min
RTC consécutives.

N° Objectif de I'essai Points d'essai selon Conditions d'essai Critéere d'essai (si

le Tableau 3 complémentaires I'essai s'applique)

A7.4.1 | Vérifier le P2 pour les f=49,99 Hz ou Soumettre a I'epsai la

chevauchement interharmoniques 59,99 Hz balise temporelje ainsi

d'agrégation 1

Durée de l'essai =
11 min

que le numéro fle
séquence des hlocs
pour l'interharmonique
a 7,5 x la fréquence
fondamentale.

Il convient qu'une impulsion de 10 min se produise au cours de l'intervalle de temps de 10/12 cycles
numéro 3 000.

NOTE 59,99 Hz = (2 999,5/600) x 12; 49,99 Hz = (2 999,4 / 600) x 10

6.7.4.2

Agrégation de 150/180 cycles avec 10 min de synchronisation

Chaque essai doit durer au moins 11 min et doit contenir au moins deux impulsions de 10 min
RTC consécutives.
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N° Objectif de I'essai Points d'essai selon Conditions d'essai Critére d'essai (si
le Tableau 3 complémentaires I'essai s'applique)
A7.5.1 | Vérifier le Conserver les f=50,125 Hz (couvrant | TC150/180(unc)-
chevauchement conditions de référence | 50 Hz) ou 60,15 Hz interharm pour
d'agrégation 2 (y compris un (couvrant 60 Hz) selon I'interharmonique a
composant le choix du fabricant 7,5 x la fréquence
fondamental constant) fondamentale, avec
et ajouter un contenu I'agrégation correcte
interharmonique des valeurs 10/12
variable comme suit: cycles pour chacun des
. \ deux intervalles
— démarrer a P2 pour d'agrégation de
les . 150/180 cycles se
interharmoniques; chevauchant
effectuerne.
décélération du
contenu
interharmonique de
1 %/s jusqu'a ce
qu'il atteigne 0 %;
— effectuer une
accélération du
contenu
interharmonique de
1 %/s jusqu'a ce
qu'il atteigne P2;
— répéter la procédure.
Il convignt qu'une impulsion de 10 min se produise au milieu de\'intervalle de temps de 150/180 cycles
numéro P01.
NOTE p0,125 Hz = (200,5/600) x 150; 60,15 Hz = (200,5 £600) x 180
6.7.4.3 Agrégation de 10 min
Chaque|essai doit durer au moins 11 min et doit contenir au moins deux impulsions d¢ 10 min
RTC consécutives.
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N° Objectif de I'essai Points d'essai selon Conditions d'essai Critéres d'essai (si
le Tableau 3 complémentaires I'essai s'applique)
A7.6.1 | Vérifier 'agrégation de Conserver les f=49,99 ou 59,99 Hz. TC10-min(unc)-
10 min. conditions de référence | Durée de I'essai = interharm pour
(y compris un 11 min I'interharmonique a
composant 7,5 x la fréquence
fondamental constant) fondamentale, avec
et ajouter un contenu I'agrégation correcte
interharmonique det
variable comme suit:
TC150/180(unc)-
— démarrer a P2 pour interharm pour les
les 50 interharmoniques,
interharmoniques; avec les valeurs 10/12
i L cycles basées sur les
d'.’ ,IT' 't.“" d numeéros de séfuence
écélération du des blocs
contenu
interharmonique de
1 %/s jusqu'a ce
qu'il atteigne 0 %;
— effectuer une
accélération du
contenu
interharmonique de
1 %/s jusqu'a ce
qu'il atteigne P2;
— répéter la procédure.
Il convignt qu'une impulsion de 10 min se produise au cours{de"“l'intervalle de temps de 10/12 cycles
numéro B 000.
NOTE §9,99 Hz = (2 999,5/ 600) x 12; 49,99 Hz = (2 999,4¢600) x 10
6.7.4.4 Agrégation de 2 h
Si appli¢able, I'essai doit étre réalisé conformément au tableau ci-dessous:
N° Objectif de I'essai Points d'essai selon Conditions d'essai Critere d'essai (si
le Tableau 3 complémentaires I'essai s'agplique)
A7.7.1 | Vérifier 'agrégation dey2 h. Il doit étre vérifié que la valeur agrégée de 2 h est fournie par

I'équipement soumis a l'essai.



https://iecnorm.com/api/?name=a98f3c221ce0f038ffbe19a59a7b3e28

- 190 -

IEC 62586-2:2017 © |IEC 2017

6.8 Tension de transmission de signaux sur la tension d'alimentation
6.8.1 Méthode de mesure
N° Objectif de I'essai Points d'essai selon Conditions d'essai Critére d'essai (si
le Tableau 3 complémentaires I'essai s'applique)
A8.1.1 Vérifier que I'utilisateur | N.A. N.A. Le produit permet a
peut spécifier la I'utilisateur de
fréquence porteuse a configurer les
surveiller, jusqu'a fréquences porteuses
3 kHz surveillées jusqu'a
3 kHz
A8.1.2 | Vérifier que l'utilisateur | N.A. N.A. Le produit permet a
peut spécifier le seuil I'utilisateur de
de détection (supérieur configurer le,squil de
a 0,3 % de Uyjy) et la détection et |a période
durée de la période d'enregistrement
d'enregistrement commeé specifié
(jusqu'a 120 s).
A8.1.3 | Sila méthode 12 est Configurer le produit N.A. NYA.
implémentée, vérifier de maniere a surveiller
que implémentation est | une fréquence
correcte porteuse de 1 060 Hz.
Appliquer les points
d'essai suivants pour la
transmission de
signaux. Chaque point
d'essai applique
simultanément deux
fréquences
interharmoniques sur le
méme signal dans les
conditions de
référence.
Valeur de 1 060:Hz N.A. TC10/12(unc), pu la
uniquement (ihkeonvient valeur attendus
de le compter'pour la correspond a I tension
tension de efficace pour I¢g
transmlission de composant a 1060 Hz
signaux): seulement
P3 a 1 060 Hz
Deux valeurs N.A. TC10/12(unc), pu la
adjacentes (il convient valeur attendus
de ne pas les compter correspond a I tension
pour la tension de efficace pour l¢g
transmission de composant a 1060 Hz
signaux): seulement
P3 a 1055 Hz et
P3 a 1065 Hz
A814 Sila mathade 20 ast (‘nnfignrnr le prnrlnif NA- NA-

implémentée, vérifier
que l'implémentation
est correcte

de maniére a surveiller
une fréquence
porteuse de 316,67 Hz.

Appliquer les points
d'essai suivants pour la
transmission de
signaux. Chaque point
d'essai applique
simultanément deux
fréquences
interharmoniques sur le
méme signal dans les
conditions de
référence.
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méthede 2° sont toutes
les(deux implémentées
etsiTe fabricant

anhonce qu'il chaisit la

A8.1.3 et A8.1.4, mais
appliqués de fagon
séquentielle sans
intervention manuelle

N° Objectif de I'essai Points d'essai selon Conditions d'essai Critére d'essai (si
le Tableau 3 complémentaires I'essai s'applique)
Deux valeurs au milieu N.A. TC10/12(unc), ou la
(il convient de les valeur attendue
compter pour la tension correspond a la racine
de transmission de de la somme des
signaux): carrés pour les quatre
. valeurs les plus
P3 a 315 Hz et proches de la
P3 a 320 Hz fréquence surveillée
seulement:
310 Hz
315 Hz
320 Hz
325 Hz
Deux valeurs externes N.A. TC10/42¢unc), pu la
(il convient de les valeursattendus
compter pour la tension carrespond a Iq racine
de transmission de de la somme dgs
signaux): carrés pour les|quatre
. valeurs les plup
P3 a 310 Hz et pl’OCheS de la
P3 a 325 Hz fréquence survegillée
seulement:
310 Hz
315 Hz
320 Hz
325 Hz
Deux valeurs N.A. TC10/12(unc), pu la
adjacentes a valeur attendus
I'intervalle de calcul (il correspond a Iq racine
convient de nepas les de la somme dg¢s
compter pouria tension carrés pour les|quatre
de transmiission de valeurs les plus
signaux): proches de la
. fréquence survegillée
P3.&°305 Hz et seulement:
315 Hz
320 Hz
325 Hz
A8.1.5 | Sila méthode 12 et la Mémes essais que N.A. Le produit pasge avec

succes les
essais A8.1.3 et A8.1.4
sans interventign

manuelle.

méthode de fagon
dynamique en fonction
de la fréquence
spécifiée par
I'utilisateur (il s'agit de
I'approche
"préférentielle” dans
I''EC 61000-4-30),
vérifier que le produit
utilise la méthode
appropriée.

(autre que la
spécification de la
fréquence porteuse).
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N° Objectif de I'essai Points d'essai selon Conditions d'essai Critére d'essai (si
le Tableau 3 complémentaires I'essai s'applique)

A8.1.6 | Vérifier que le produit Configurer le produit N.A. N.A.
indique quand un de maniere a utiliser un
signal dépasse le seuil | seuil de détection de
de détection 0,5 % et a surveiller

une fréquence

porteuse de 316,67 Hz,

puis appliquer les deux

essais ci-dessous.

a) Appliquer P1 pourla | N.A. Le produit n'indique
transmission de pas que le signal a
signaux (fréquence dépassé le seuil de
porteuse de détection

316,06/ HZ).

b) Appliquer P2 pour la | N.A. Le produit indique que
transmission de le signal‘a_dépgdsseé le
signaux (fréquence seuil-de \détectipn
porteuse de

316,67 Hz).

A8.1.7 | Vérifier que le produit Configurer le produit N.A. Le niveau maximal de
peut relever les valeurs | de maniére a utiliser tension du signpl au
de tension du signal une période cours de la pérlode
10/12 cycles au cours d'enregistrement de d'enregistrement de
de la période 120 s, puis appliquer le 120 s peut étre
d'enregistrement qui méme essai que 8.1.6 déterminé a paftir des
suit la détection, afin b). valeurs 10/12 dycles
de fournir le niveau enregistrées.
maximal de tension du
signal pendant cette
période.

2 La "méthode 1" correspond a la méthode basée suf’," la valeur interharmonique efficace 10/12 cycles

corrgspondante”.

b La "méthode 2" correspond a la méthode basée sur "la racine de la somme des carrés des 4 valeurs

internarmoniques efficaces 10/12 cycles les plus’proches".
6.8.2 Incertitude de mesure- ‘et étendue de mesure
6.8.2.1 Incertitude dans.les conditions de référence

Chaque

essai doit durer au moins 1 s.
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N° Objectif de I'essai Points d'essai selon Conditions d'essai Critéere d'essai (si
le Tableau 3 complémentaires I'essai s'applique)

A8.2.1 Vérifier l'incertitude de | P2 pour la N.A. TC10/12(unc) pour la
mesure pour une transmission de méthode choisie
fréquence porteuse de | signaux (fréquence
316,67 Hz porteuse de

316,67 Hz)

P3 pour la N.A. TC10/12(unc) pour la
transmission de méthode choisie
signaux (fréquence

porteuse de

316,67 Hz).

P4 pour la N.A. TC10/12(unc) pour la
tIGIIOIII;DO;UII dc IIIU’thUdU thIO e
signaux (fréquence

porteuse de

316,67 Hz)

P5 pour la N.A. TC10/12(unc) pour la
transmission de méthode choisje
signaux (fréquence

porteuse de

316,67 Hz)

A8.2.2 Vérifier l'incertitude de | P2 pour la N.A. TC10/12(unc) pour la
mesure pour une transmission de méthode choisje
fréquence porteuse de | signaux (fréquence
1 060 Hz. porteuse de 1 060 Hz)

P3 pour la N.A¢ TC10/12(unc) pour la
transmission de méthode choisje
signaux (fréquence

porteuse de 1 060 Hz)

P4 pour la N.A. TC10/12(unc) pour la
transmission de méthode choisje
signaux (fréquence

porteuse de 1>060 Hz)

P5 pour.la N.A. TC10/12(unc) pour la
transmission de méthode choisje
sighaux (fréquence

porteuse de 1 060 Hz)

A8.2.3 Vérifier l'incertitude de |~P2 pour la N.A. TC10/12(unc) pour la
mesure pour une transmission de méthode choisje
fréquence porteuséide | signaux (fréquence
2975 Hz porteuse de 2 975 Hz).

P3 pour la N.A. TC10/12(unc) pour la
transmission de méthode choisje
signaux (fréquence
porteuse de 2 975 Hz)
P4 pour la N.A. TC10/12(unc) pour la
transmission de méthode choisje
signaux (fréquence
porteuse de 2 975 Hz)
P5 pour la N.A. TC10/12(unc) pour la
transmission de méthode choisie
signaux (fréquence
porteuse de 2 975 Hz)

6.8.2.2 Variations en fonction des grandeurs d'influence uniques

Chaque essai doit durer au moins 1 s.
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N° Objectif de I'essai Points d'essai selon Conditions d'essai Critére d'essai (si
le Tableau 3 complémentaires I'essai s'applique)
selon le Tableau 4
A8.3.1 Vérifier l'influence de P3 pour la S1 pour la fréquence TC10/12(unc) pour la
la fréquence sur transmission de méthode choisie
I'incertitude de signaux (fréquence
mesure. porteuse de 2 975 Hz)
P3 pour la S3 pour la fréquence TC10/12(unc) pour la
transmission de méthode choisie
signaux (fréquence
porteuse de 1 060 Hz)
A8.3.2 Vérifier l'influence de P3 pour la S1 pour I'amplitude de | TC10/12(unc) pour la
I'amplitude de tension transmission de la tension méthode choisie
Ul :';Ilbclt;tudc dU o;gllau/\ (flé\‘lucllbc
mesure porteuse de
316,67 Hz).
P3 pour la S3 pour I'amplitude de | TC10/12(unc) pour la
transmission de la tension méthode choisje
signaux (fréquence
porteuse de
316,67 Hz).
A8.3.4 Veérifier l'influence des | P3 pour la S1 pour les TC10/12(unc) pour la
harmoniques sur transmission de harmoniques méthode choisje
I'incertitude de mesure | signaux (fréquence
porteuse de
316,67 Hz).
P3 pour la S1 pourles TC10/12(unc) pour la
transmission de harmoniques méthode chois|e
signaux (fréquence
porteuse de 1 060 Hz)
6.8.2.3 Evaluation de mesure
Non applicable.
6.8.3 Agrégation
Non applicable.
6.9 Mesure des parameétres de valeur basse et de valeur haute de la tension

6.9.1

Les ess
valeurs

Méthode-de*mesure

ais polur-la méthode de mesure sont spécifiés dans le tableau ci-dessous
10/12 cycles seulement (I'agrégation est spécifiée dans une section ultérieure).

bour les

L'IEC 61

000-4-30:2015 décrit dans une annexe informative la méthode de mesure de Ug.

basse; €l de Ugs.haute; €N fonction de la valeur efficace 10/12 cycles Uggogoms ;» OU i
représente l'intervalle 10/12 cycles spécifique. Toutefois, la valeur basse (Upasse) et la valeur
haute (Upgute) N€ sont décrites que dans la section relative a l'agrégation. Le tableau ci-
dessous prend I'hypothése suivante: Upggqe 1 Upgute PEUVENt €galement étre calculées pour
chaque intervalle 10/12 cycles, a l'aide de la méme formule que celle utilisée dans la section
relative a I'agrégation pour agréger une valeur 10/12 cycles unique.

Pour l'intervalle 10/12 cycles, un appareil doit mettre a disposition au moins une valeur de
Upasse €t Ugfi-passe €t @u moins une valeur de U, ,,te €t Ugtf.naute- 1OUtES les valeurs qui sont
rendues disponibles doivent satisfaire aux exigences indiquées ci-dessous.

Chaque essai doit durer au moins 1 s.
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NO

Objectif de I'essai

Points d'essai selon
le Tableau 3

Conditions d'essai
complémentaires

Critére d'e

ssai (si

I'essai s'applique)

A9.1.1

Essai en régime établi —

vérifier que le calcul de U
Ubasse’ Ueff—haute et
est correct lorsque

> Ugin-

basse’
haute
Ueff—ZOOms

P5 pour I'amplitude de
la tension
d'alimentation (la
tension correspond a

150 % de U, )

N.A.

Pour chaque valeur
10/12 cycles:

U

eff-basse

U,

basse

U

eff-haute =
eff 200ms

Uhaute = (Ue

din)
50 %]

=U,

din

=0%

ff-haute

I Uy, [environ

A9.1.2

Eccal ar CPN N H

C. fionce A

W= H H
SR G HORS6E

p

(] haoot

e o
out—enagt

valeur

Ao A
=5Sat-effegHe—etaott

vérifier que le calcul de U
Ubasse’ Ueff—haute et
est correct lorsque

= Ugin

basse’
haute
eff-200ms

référence (I'amplitude
de la tension
d'alimentation est

Ugn £ 1%)

10/12 cycle
Ueff—basse =

eff-200ms’ I
fetenue éta

plus faible g
deux

basse

U, = (U{.
)/

eff-basse
[environ 0 %

Ueff—haute

eff-200ms’ I
retenue éta

plus élevée
deux
U,

haute = (Ue
din/ ’, Y din
[eOnviron 0

vl

=y,

=)

din OU
h valeur
ht la

es

din OU
h valeur
ht la
des

ff-haute —

%]

A9.1.3

Essai en régime établi —

vérifier que le calcul de U
Ubasse’ Ueff—haute et
est correct lorsque

< Ugin

basse’
haute
Ueff—ZOOms

P1 pour I'amplitude de
la tension
d'alimentation (la
tension-correspond a

10:% de Uy,

N.A.

Pour chaqu
10/12 cycle

Ueff—basse =

200ms (@mpl
la tension

d'alimentati
= (U

eff-basse
[environ 90

U

eff-haute

=09

U,

basse

U,

haute

=y,

valeur

N

Ueff—
tude de

bn)

in
Udin
%]

din

A9.1.4

Essai en régime non établi —
vérifier que toutes les
valeurs:40/12 cycles sont
calCulges sans intervalles

Vr.m.s
A

p5 |(150%)__

Séquence d
valeurs attel

Les valeurs
cycles se ré
par groupes

es
ndues:

10/12
petent
de

p3 100 [ @

O]

® @

L L N

»
20/24cycles 40/48cycles 60/72cycles 80/96cycle:

quatre etats:
=0%
=0%
=50 %
=50 %

1. Ubasse
2. U

basse

3. U,

basse

4. U,

basse

NOTE Ces

valeurs peu

vent

différer selon la
précision de la
synchronisation
10/12 cycles.
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NO

Objectif de I'essai

Points d'essai selon
le Tableau 3

Conditions d'essai
complémentaires

Critére d'essai (si
I'essai s'applique)

A9.1.5

vérifier que toutes les

Essai en régime non établi —

valeurs 10/12 cycles sont
calculées sans intervalles

Vr.m.s
A

P3 [(100%)

p1 f(10%) __

v @

@@4[

BRI

»
20/24cycles 40/48cycles 60/72cycles 80/96cycles

Séquence des
valeurs attendues:

Les valeurs 10/12
cycles se répétent
par groupes de
quatre états:

1. l]basse =0%
2. U, =0%
=90 %

basse
3. U
0 %

basse

LL =
© ~ basse

NOTE hCeg
valeurs)peupent
différer seldn la
précision deg la

Synchronisdtion
10/12 cycles.

A9.1.6

Vérifier le nombre de
valeurs produites

N.A.

N.A.

Sur les résgaux
monophaség,

1 valeur est| fournie
pour chaque U
et chafjue U 4.

U7

basse
haute*

Sur les résgaux
triphasés a3 fils,
3 valeurs sg@nt
fournies polir
chaque U
chaque U

basse et

haute*

Sur les résgaux
triphasés a |4 fils, 3
ou 6 valeurg sont
fournies polir
chaque U
chaque U

basse et

haute”

6.9.2
6.9.2.1

Pour la
valeurs
d'alimer
suffisan

Généralités

6.9.2.2

bt 65.9.2.3

Incertitude de mesure et étendue de mesure

valeur basse et la valeur haute de la tension, les valeurs calculées dépendent des
efficaces/10/12 cycles sous-jacentes, comme spécifié pour I'amplitude de la|tension
tation\ Les essais pertinents du 6.2.4.1 sont considérés comme nécessaires et
ts{pour vérifier l'incertitude de mesure et I'étendue de mesure, comme décrit dans

6.9.2.2

Couvert

Incertitude dans les conditions de référence

par 6.2.4.1.

Il est suffisant de vérifier que les calculs de 10/12 cycles sous-jacents pour I'amplitude de la
tension d'alimentation satisfont aux exigences de précision et d'étendue pertinentes.

6.9.2.3

Couvert

Variations en fonction des grandeurs d'influence uniques

par 6.2.4.1.

Il est suffisant de vérifier que les calculs de 10/12 cycles sous-jacents pour I'amplitude de la
tension d'alimentation satisfont aux exigences de précision et d'étendue pertinentes.
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6.9.3 Evaluation de mesure

Non applicable.

6.9.4 Agrégation de mesure
6.9.4.1 Généralités

L'I[EC 61000-4-30 spécifie la méthode d'agrégation pour la valeur basse et la valeur haute de
la tension de fagon légerement différente des autres parametres. Les essais suivants sont
destinés a vérifier que ces méthodes d'agrégation sont implémentées correctement.

6.9.4.2 —10H12-eyelesavec 10 min-desynchronisation
Couvert|par 6.2.2.

Il est syffisant de vérifier que les calculs de 10/12 cycles sous-jacents pour llamplituge de la
tension [d'alimentation sont correctement synchronisés avec l'impulsion d€>10 min.



https://iecnorm.com/api/?name=a98f3c221ce0f038ffbe19a59a7b3e28

6.9.4.3

- 198 -

IEC 62586-2:2017 © |IEC 2017

Agrégation de 150/180 cycles avec 10 min de synchronisation

NO

Objectif de I'essai

Conditions d'essai
complémentaires

Points d'essai selon
le Tableau 3

Critéres d'essai
(si l'essai
s'applique)

A9.2.1

Vérifier que I'agrégation de
Ubasse_et U, aute €St correcte
pour l'intervalle 150/180
cycles (IEC 61000-4-30):

["n
<yl
|| 2.Y ms_underi
i=1
Ydin — ]||

n "
Uuncsr = o %]
din

n
Iy

V efficace
1
P5

(150 %} —————-

Les valeurs
efficaces 10/12
cycles se répétent
par groupes de
quatre,
conformément a
I'essai A9.1.3.

Ces valeurs
efficaces 10/12

[= " mms—over]
i=1
= Udin

n [%]

Uover =
Ud\n

P1
(10 %) - -

1 1 1 1 [

80/96
cycles

20/24
cycles

40/48
cycles

60/72
cycles

Fréquence = 50 Hz / 60 Hz (ou les deux si
applicable)

L'essai doit durer au moins 10 s.

\.y\.,:ca doivent étre
enregistrees et
synchronijsédes avec
lesevaleurs [150/180
cycles assoriées
pour U, et

U,

haute*

basse

Les valeurs
150/180 cyq
doivent étre
cohérentes Javec
les valeurs
théoriques
des valeurs
efficaces 1Q/12
cycles, en dtilisant
les équations de
I'EC 610004-30.

es

iérivées

A9.2.2

Vérifier que les agrégations
sur 150/180 cycles pour
Upasse et Uhaute sont
resynchronisées sur

I'impulsion de 10 min.

V efficace
Il
P5

(150 %) X7~ ~

P
(10 %)

1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1 »

20/24 40/48 60/72 80/96'

cycles cycles cycles cycles
Fréquence = 50 125 Hz / 60,15 Hz (ou les deux
si applicable)

L'essai doit durer au moins 11 minutes et doit
contenir au moins deux impulsions de 10 min
RTC consécutives.

Les valeurs
efficaces 10/12

cycles se r§pétent
par groupeq de

quatre,
conformémeént a
9.1.3.

Ces valeurg
efficaces 10/12
cycles doivgnt étre
enregistrées et
synchronisfes avec
les valeurs [150/180
cycles assofiées

pour Uy .cce et

haute*

La valeur 150/180
cycles final¢ d'un
intervalle d¢ 10 min
et la premigre
valeur

(resynchronisée)
150/180 cycles de
I'intervalle de

10 min suivant
doivent étre
cohérentes avec
les valeurs
théoriques dérivées
des valeurs
efficaces 10/12
cycles, en utilisant
les équations de
I'EC 61000-4-30.

Il convient qu'une impulsion de 10 min se produise au milieu de lintervalle de temps de 150/180 cycles
numéro 201.

NOTE 50,125 Hz = (200,5/600) x 150;

60,15 Hz = (200,5 / 600) x 180.
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6.9.4.4 Agrégation de 10 min

Chaque essai doit durer au moins 11 min et doit contenir au moins deux impulsions de 10 min
RTC consécutives.

N° Objectif de I'essai Points d'essai selon Conditions d'essai Critéres d'essai
le Tableau 3 complémentaires (si I'essai

s'applique)

A9.3.1 | Vérifier que I'agrégation de V efficace Les valeurs
Upasse €t Upaute €St correcte efficaces 10/12
. . A P
pour l'intervalle de 10 min cycles se répétent
(conformément aux par groupes de
Equations 6 et 7 de PS oo quatre,
I''EC 61000-4-30:2015): (150 % conformément a
I'essai A9.1}3.

(&
-2
, | Z Yireungers P1 Ces yaleurg

E el B e |(10%) ! f ! K- efficaces 10/12
Ydin ! ! ! 1| eycles doivent étre

> vy

(2,2 2024 40/48 60/72 80/96 enregistréey pour
£ rme—over i cycles cycles cycles cycles I'intervalle de
= Uy, . ) 10 min et alfjgnées
1 W Fréquence = 50 Hz / 60 Hz (ou les deux si aux valeurs| 10 min

U, . "
in applicable) associées pour

L'essai doit durer au moins 11 minutes\et doit Upasse €1 Uy
contenir au moins deux impulsions‘de 10 min Les valeurs|10 min
RTC consécutives. doivent étre

cohérentes Javec
les valeurs
théoriques ¢lérivées
des valeurs
efficaces 1(Q/12
cycles, en (tilisant
les équations de
I'EC 610004-30.

U,

under =

Uover =

aute’

6.9.4.5 Agrégation de 2 h

Si appli¢able, I'essai doit étre réalise conformément au tableau ci-dessous:

N° Objectif de I'essai Points d'essai selon Conditions d'essai Critere d'essai (si
le Tableau 3 complémentaires I'essai s'agplique)
A9.4.1 Vérifier I'agrégation-de 2 h. Il doit étre vérifié que la valeur agrégée de 2 h est fournie par
I'équipement soumis a l'essai.
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L'approche polyphasée et I'approche canal par canal sont définies dans I'lEC 62586-1.

NOTE Voir explication a la Figure 16.

N° Objectif de I'essai Points d'essai Critéres d'essai (si I'essai s'applique)
A10.1.1 Vérifier que le marquage Cet essai doit inclure au Vérifier qu'aucun intervalle agrégé ne
n'est pas défini lorsque moins 1 intervalle complet | contient de marquage
les conditions de de 2 h.
marquage ne sont pas
remplies NOTE Cet essai peut
étre combiné a un autre
essai qui n'inclut pas les
conditions de marquage.
A10.1.2 | Marquage dans un réseau | Creux: 70 % de Uy, 1 Chacun des parameétres répertoriés ci-
polyphasé provoqué par canal, L2, durée: 100 ms dessous est balisé au sein de chaque
un creux de tension et it i intervalle de mesure correspondant qui
- SL-essai-aoRhcreau CONtient e creux/ta Surtension/tg cpupure
Pour papillotement P, :jneo?z 1 intervalle complet (comme représenté a la Figure”34):
— papillotement (P, de 2 h)
NOTE Pour des raisons ‘d'efficarité, cet
essai n'examine due’ le marqyage du
papillotement (valeurs P, de 2h), bien
que le marquage_des autres valeurs de
2 h soit également attendu.
A10.1.3 Marquage dans un réseau | Creux: 70 % de Ugjp, 1 Chacun,des-paramétres répertoriép ci-
polyphasé provoqué par canal, L2, durée: 100 ms dessous‘est balisé au sein de chaque
un creux de tension @ intervalle de mesure correspondant qui
, - o contient le creux/la surtension/la cpupure
A10.1.4 Marquage' dans un réseau Surtension: 120 % de (€omme représenté a la Figure 16]:
polyphasé provoqué par Ugin, 2 canaux, L1 + L3,
une surtension @ durée: 100 ms — fréquence industrielle (10 s)
A10.1.5| | Marquage dans un réseau | Coupure: 0 % de Ugis, '3 — amplitude de la tension (10/12 tycles,
polyphasé provoqué par canaux, L1 + L2 +.L3; 150/180 cycles, 10 min)
H a Aa-
une coupure de tension durée: 100 ms — papillotement (Pst de 10 min)
— déséquilibre de tension d'alimeptation
(10/12 cycles, 150/180 cycles, [0 min)
— harmoniques de tension (10/12|cycles,
150/180 cycles, 10 min)
— interharmoniques de tension (1p/12
cycles, 150/180 cycles, 10 min
— transmission de signaux (10/12|cycles)
— valeur basse et valeur haute dg la
tension (10/12 cycles, 150/180 kycles,
10 min)
Le creux/la surtensionfta coupure de 100 ms doit commencer et se terminer au sein du méme intervalle 10/12
cycles e} au sein du méme intervalle de 10 s pour la fréquence.
a8  Pour les linstruments qui utilisent I'approche polyphasée pour le marquage de données, le margheur est
appliqué’ a toutes les phases mesurées. Pour les instruments qui utilisent I'approche canal par ¢anal, le
marduetir—n'est apnligud au'aux—phases— contenant 'événement de creux/de surtension/de :Oupure_
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Impulsion
RTC de
10 min
1
(]
: m 1/2 cycle Creux/surtension/coupure 1/2 cycle
Giuinnty efficace gy efficace wmin
! ] | ]
[T I
: [1..12 13..24 25..36 169..160 .12 13..24
: [1..10 11..20 21..30 141..150 1..10 11..20
: Amplitude de tension
’ Déséquilibre de tension
d'alimentation
¥10/12 cycles [10/12 cycles | 10/12 cycles n?;m%?:ggﬁ? Z’gstee':ion 10/12 cycles|10/12 cycles| 10/ 2)cycles
[} tension K
: k 2 3 Transmission de signaux 19 1 2
M Valeur basse et valeur
’ v v v haute de la tension 4 . . 4
Intervalle de temps 150/180 cycles(n) 150/180 cycle time interval (1

v

Intervalle de 10 min (x) O\

s Amplitude de tension, Déséquilibre de tension d'alimentation, Harmoniques en tension,
0 Interharmoniques en tension, Interharmoniques en tension, Papillotement Pst

Intervalle de 2 h (x) .\\)

[
8 Papillotement PIt
a

Impulsio
RTC de
10s

~

Intervalle de 10s (z) , °,

Fféquence

L&gende

| Donnée marquée

Figure 16 — Essai de marquage pour la classe A

IEC
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N° Objectif de I'essai Procédure d'essai
A11.1.1| Vérifier I'incertitude 1) Vérifier que l'instrument fonctionne avec la synchronisation
d'horloge. d'horloge (vérifier I'état de I'appareil).
2) Injecter une coupure de durée fixe avec un générateur de signal
synchronisé et noter I'heure de début de la coupure T1start.
3) Vérifier que l'instrument a détecté une coupure et noter I'heure de
début mesurée (relevé) T1start_mes. Vérifier la précision de
T1start_mes, qui doit étre de T1start + 1 cycle.
4) Déconnecter ou désactiver la synchronisation et laisser
I'instrument effectuer la mesure pendant au moins 24 h.
NOTE Pendant ce temps, Tlapparell peut etre ullm$é pour
n'importe quel essai ne nécessitant pas la synchronisation
5) Injecter une coupure de durée fixe avec un générateur de gignal
synchronisé et noter I'heure de début de la coupure”T2start.
6) Vérifier que l'instrument a détecté une coupure et noter I'hgure de
début mesurée (relevé) T2start_mes.
7) Vérifier l'incertitude d'horloge
Module (T2start — T2start_mes) <
(T2start — T1start) x 1 / (3600 x,24,)
Voir Figure 17.
NOTE 1| La coupure injectée en 2) et 5) aura une durée arbitraire (p.ex. 1 s)
NOTE 2| T1start_mes et T2start_mes ont une résolution de + 20‘ms.

1
1 . .
: Coupure du générateur | Coupure du générateur
: T1start ; T2start
: i
! .
1 I
' .
-— e - 1
[
i
I_\ —
! .
' T
4 - 1
T . !
[ Relevé de l'instrument | Relevé de I'instrument
v T1start_mes Y T2start_mes
IEC

Figure 17 — Essai de l'incertitude d'horloge

6.12 Variations en fonction des grandeurs d'influence externes

6.12.1

Généralités

Les variations ne doivent étre vérifiées que pour la mesure de fréquence et la mesure de

tension.
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6.12.2

Influence de la température

Chaque essai doit durer au moins 1 min.

- 203 -

fréquence @

N° Objectif de Points d'essai Conditions Critere d'essai (si I'essai
I'essai selon le Tableau 3 d'essai s'applique)
complémentaires
selon le Tableau 5

A12.1.1 Veérifier P1 pour la ET1 La valeur de mesure sera utilisée
I'influence fréquence 2 pour les calculs ultérieurs.
d'une faible
température Vérifier que chaqug mesure de 10s

est conforme aux limites (p. ex.
Figure 2 de I'lEC 62586-1:2013).
P2 pour la ET1 La valeur de mesure seraatilisée
fréquence @ pour les calculs ultérieurs.
Veérifier que chaquemesure fle 10 s
est conforme auxclimites (p. px.
Figure 2 de I'lEC.62586-1:2(13).
P3 pour la ET1 La valeur de.mesure sera utilisée
fréquence 2 pour les €aleuls ultérieurs.
Veérifier que chaque mesure fle 10 s
est conforme aux limites (p. px.
Figufe 2 de I'lEC 62586-1:2(13).
P1 pour I'amplitude | ET1 La valeur de mesure sera utilisée
de la tension pour les calculs ultérieurs.
Vérifier que chaque mesure fle
10/12 cycles est conforme afix
limites (p. ex. Figure 2 de
I''EC 62586-1:2013)
P3 pour I'amplitude | ET1 La valeur de mesure sera utilisée
de la tension pour les calculs ultérieurs.
Veérifier que chaque mesure fle
10/12 cycles est conforme afix
limites (p. ex. Figure 2 de
I''EC 62586-1:2013)
P5 pourlamplitude | ET1 La valeur de mesure sera utilisée
de la tension pour les calculs ultérieurs.
Veérifier que chaque mesure fle
10/12 cycles est conforme afix
limites (p. ex. Figure 2 de
I''EC 62586-1:2013)
Incertitude ET1 Moins de 333 ms
d'horloge (vérifier
la dérive sur une
durée de 8 h)

A12.1.2 Vérifier P1 pour la ET2 La valeur de mesure sera utilisée
timftoencedeta—fréquence— pourfes caltcutsuttérieurs:
température la
plusp Vérifier que chaque mesure de 10 s
défavorable est conforme aux limites (p. ex.

Figure 2 de I'lEC 62586-1:2013).
P2 pour la ET2 La valeur de mesure sera utilisée
fréquence 2 pour les calculs ultérieurs.

Veérifier que chaque mesure de 10 s

est conforme aux limites (p. ex.

Figure 2 de I'lEC 62586-1:2013).
P3 pour la ET2 La valeur de mesure sera utilisée

pour les calculs ultérieurs.

Veérifier que chaque mesure de 10 s
est conforme aux limites (p. ex.
Figure 2 de I'lEC 62586-1:2013).
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N° Objectif de Points d'essai Conditions Critere d'essai (si I'essai
I'essai selon le Tableau 3 d'essai s'applique)
complémentaires
selon le Tableau 5

P1 pour I'amplitude | ET2 La valeur de mesure sera utilisée

de la tension pour les calculs ultérieurs. Vérifier
que chaque mesure de 10/12 cycles
est conforme aux limites (p. ex.
Figure 2 de I'lEC 62586-1:2013)

P3 pour I'amplitude | ET2 La valeur de mesure sera utilisée

de la tension pour les calculs ultérieurs. Vérifier
que chaque mesure de 10/12 cycles
est conforme aux limites (p. ex.
Figure 2 de I'lEC 62586-1:2013)

P5 pour I'amplitude | ET2 La valeur de mesure sera’utilisée

de la tension pour les calculs ultérieurs, Vgrifier
que chaque mesurede.10/12 cycles
est conforme auximités (p. px.
Figure 2 de I'lEC 625686-1:2(13)

Incertitude ET2 Moins de 333(ms.

d'horloge (vérifier

la dérive sur une

durée de 8 h)

A12.1.3 Vérifier P1 pour la ET3 ltadvaleur de mesure sera utilisée
I'influence fréquence 2 pour les calculs ultérieurs. Vgrifier
d'une que chaque mesure de 10 s pst
température conforme aux limites (p. ex. Figure 2
élevée de I'lEC 62586-1:2013).

P2 pour la ET3 La valeur de mesure sera utilisée

fréquence @ pour les calculs ultérieurs. Vgrifier
que chaque mesure de 10 s pst
conforme aux limites (p. ex. Figure 2
de I'lEC 62586-1:2013).

P3 pour la ET3 La valeur de mesure sera utilisée

fréquence 2 pour les calculs ultérieurs. VEgrifier
que chaque mesure de 10 s pst
conforme aux limites (p. ex. Figure 2
de I'lEC 62586-1:2013).

P1 pogr ['‘amplitude | ET3 La valeur de mesure sera utilisée

de la tension pour les calculs ultérieurs. Vgrifier
que chaque mesure de 10/12 cycles
est conforme aux limites (p. px.
Figure 2 de I'lEC 62586-1:2(13)

P3 pour I'amplitude | ET3 La valeur de mesure sera utilisée

de la tension pour les calculs ultérieurs. Vgrifier
que chaque mesure de 10/12 cycles
est conforme aux limites (p. px.
Figure 2 de I'lEC 62586-1:2(13).

P5 pour I'amplitude | ET3 La valeur de mesure sera utilisée

deta-tension poeurtes—eatettswérienrs—verifier
que chaque mesure de 10/12 cycles
est conforme aux limites (p. ex.
Figure 2 de I'lEC 62586-1:2013)

Incertitude ET3 Moins de 333 ms.

d'horloge (vérifier

la dérive sur une

durée de 8 h)

Les instruments destinés a fonctionner a 50 Hz doivent utiliser les chiffres fournis a la ligne "Fréquence

50 Hz" dans le Tableau 3. Les instruments destinés a fonctionner a 60 Hz doivent utiliser les chiffres fournis
a la ligne "Fréquence 60 Hz" dans le Tableau 3. Les instruments destinés a fonctionner a 50 Hz et 60 Hz
doivent utiliser les chiffres fournis aux deux lignes "Fréquence 50 Hz" et "Fréquence 60 Hz".
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6.12.3 Influence de la tension d'alimentation
N° Objectif de Points d'essai Conditions Critére d'essai (si I'essai
I'essai selon le d'essai s'applique)
Tableau 3 complémentaires
selon le
Tableau 5

A12.2.1 Verifier l'influence P1 pour la EV1 La valeur de mesure sera utilisée
d'une faible fréquence 2@ pour les calculs ultérieurs.
tension —
d'alimentation. Vérifier que chaque mesure de

10 s est conforme aux limites.
P2 pour la EV1 La valeur de mesure sera utilisée
fréquence 2@ pour les calculs ultérieurs.
Vérifier que chaque mesure de
10 s est conforme auxylimifes.
P3 pour la EV1 La valeur de mesure'sera (tilisée
fréquence 2 pour les calculs-ultérieurs.
Vérifier que_¢haque mesure de
10 s est conforme aux limifes.
P1 pour EV1 La valeurde mesure sera (tilisée
I'amplitude de la pour les calculs ultérieurs.
tension
\/érifier que chaque mesurg¢ de
10/12 cycles est conforme jaux
limites.
P3 pour EV1 La valeur de mesure sera (tilisée
I'amplitude de la pour les calculs ultérieurs.
tension
Vérifier que chaque mesurg¢ de
10/12 cycles est conforme jaux
limites.
P5 pour EV1 La valeur de mesure sera (tilisée
I'amplitude de la pour les calculs ultérieurs.
tension
Veérifier que chaque mesurg¢ de
10/12 cycles est conforme jaux
limites.

A12.2.2 Vérifier l'influence P1 pour.la EV2 La valeur de mesure sera (tilisée
d'une tension fréquence @ pour les calculs ultérieurs.
d'alimentation o
élevée. Veérifier que chaque mesurg de

10 s est conforme aux limifes.
P2 pour la EV2 La valeur de mesure sera (tilisée
fréquence 2 pour les calculs ultérieurs.
Veérifier que chaque mesurg¢ de
10 s est conforme aux limifes.
P3 pour la EV2 La valeur de mesure sera (tilisée
fréquence @ pour les calculs ultérieurs.
Vérifierquo-chague-mesure de
10 s est conforme aux limites.
P1 pour EV2 La valeur de mesure sera utilisée
I'amplitude de la pour les calculs ultérieurs.
tension "
Veérifier que chaque mesure de
10/12 cycles est conforme aux
limites.
P3 pour EV2 La valeur de mesure sera utilisée
I'amplitude de la pour les calculs ultérieurs.
tension —
Veérifier que chaque mesure de
10/12 cycles est conforme aux
limites.
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N° Objectif de Points d'essai Conditions Critere d'essai (si I'essai
I'essai selon le d'essai s'applique)
Tableau 3 complémentaires
selon le
Tableau 5
P5 pour EV2 La valeur de mesure sera utilisée
I'amplitude de la pour les calculs ultérieurs.
tension Lo
Vérifier que chaque mesure de
10/12 cycles est conforme aux
limites.

a8 Les instruments destinés a fonctionner a 50 Hz doivent utiliser les chiffres fournis a la ligne "Fréquence
50 Hz" dans le Tableau 3. Les instruments destinés a fonctionner a 60 Hz doivent utiliser les chiffres fournis
a la ligne "Fréquence 60 Hz" dans le Tableau 3. Les instruments destinés a fonctionner a 50 Hz et 60 Hz
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6.13 Vjariations rapides de tension (RVC)

6.13.1
Un évér
e heu
e duré§
o AU
e AU
L'heure

valeur d
RVC.

La duré

de laquelle la valeur du signal logique\’tension au régime établi" est FALSE.

La vale
toute va

des vafurs 100/120 Uiy relevée juste avant I'événement RVC. Pour les

polypha

La vale
arithméf
premier
Pour leg

Paramétres RVC et évaluation

ement RVC se caractérise par quatre paramétres:
e de début,

e!

ax’

b

de début d'un événement RVC doit étre, horodatée en utilisant I'heure a lag
u signal logique "tension en régime établi” est devenue FALSE et a initié 1'év4

e d'un événement RVC est plus_courte de 100/120 demi-cycles que la durée 3

Ur AUp ax
leur Uggs(1,) relevée au cours de I'événement RVC et la moyenne arithmétiqy

és, la valeur AU, est la plus élevée sur n'importe quel canal.

ique finale' des valeurs 100/120 Ug('2) relevée juste avant I'événement R\
e moyenne arithmétique des valeurs 100/120 Ug('2) relevée aprés I'événeme
reseaux polyphasés, la valeur AUg est la plus élevée sur n'importe quel cang

uelle la
nement

u cours

d'un événement RVC correspond a la différence absolue maximale entre

e finale
réseaux

ir AU, d’on-événement RVC correspond a la différence absolue entre la moyenne

C et la
nt RVC.
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Bignal logique "tension en régime établi" 100/120 U,
rms(Y2)

Les variations du signal logique "tension en régime établi"

>

sont désactivées

“T 7 13

Durée d'événement RVC le—p!

|

| |

|

~
100/120 Urmsgy |
|

|

|

|

|

|

Seuil RVC | Seuil RVC avec
*/ ““““““““““““““““““““““““““““““““““ ]' hystérésis appliquée
! ,
|
., |
£
| P e |
c
Re]
[ Moyenne arithmétique des
2 aleurs Ueir2) précédentes
| Seuilldecreux_ _ _ _ __ o e L _
Temps
Figure 18 — Exemple d'événement RVC
6.13.2 | Généralités
6.13.2.1 Objectif général
Les signaux d'essai de tension implémentés sont définis dans le présent chapitre. Le$ essais
se condentrent sur la présentation des 5 scénafios généraux de détection des évémements
RVC, en insistant sur les caractéristiques suivantes: amplitude, durée, heure de début et de
fin, résdau polyphasé, etc.
Les régultats des essais et l'analys€)pertinente sont également fournis dans le |présent
chapitrel.
NOTE Les essais type ci-dessous sont/congus pour la classe A et la classe S. Si Ut (un cycle) est choisi pour
un événement RVC de classe Sy 100/120 demi-cycles doivent étre remplacés dans 'la totalité de I'¢valuation
d'événemgnt par 50/60 cycles complets.
6.13.2.2 Incertitude.des résultats
Incertityde de mesure de I'amplitude:

e clas

e clas

e A-llincertitude de mesure ne doit pas dépasser 0,2 % de Uy,,.

e S: I'incertitude de mesure ne doit pas dépasser +1,0 % de Uy,.

Incertitude de mesure de la durée:

e classe A: +1 cycle, incertitude de début (demi-cycle) plus incertitude de fin (demi-cycle).

+2c

ycles.

6.13.2.3 Valeurs de configuration

e Seu

il RVC (5 %)

e Hystérésis RVC (2,5 %)

e Seu
e Seu

il Ugpeux = 90 % de Uy,
il Ugyrtens. = 110 % de Uy,

Si Ugtr() €st utilisée, I'incertitude est de +1 cycle. Si Ugsy(4) est utilisée, I'incertitude est de

IEC
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6.13.2.4 Types d'essais fonctionnels

Les types d'essais suivants sont spécifiés ci-aprés:

essai "Pas d'événement RVC" (variation lente, variation faible, variation importante
creux/surtensions);

essai de configuration RVC (seuil, hystérésis);
essai des paramétres RVC (heure de début, AU, AU, durée);
essai polyphasé RVC (heure de début, AU, ,,; AU, durée);

régle d'essai "tension en régime établi" (VSS, voltage-is-in-steady-state): aucune des
valeurs 100/120 U4,y précédentes (1 s) ne dépasse le seuil RVC, auquel est soustraite

I'hygtérésis, et qui est issu de la moyenne arithmétique de ces valeurs 100/120 Ugg(1s).-
NOTE 1 |Seuls les événements RVC négatifs et la valeur Vss = 100 % de Uy, initiale ont été specifiés|dans ces
essais. Tutefois, il convient que les mémes résultats soient également obtenus pour les événements R\C positifs
et pour la|valeur VSS >/< 100 % de Uy;,, initiale.

NOTE 2 [Tous les essais sont des essais qualitatifs plutdét que quantitatifs. En raison des incert|tudes de
simulatior} et de mesure, une incertitude de +2 demi-cycles est admise.
6.13.3 | Essais "Pas d'événement RVC"
N° Objectif de I'essai Points d'essai selon Conditions d'essai Critéere d'gssai (si
le Tableau 3 complémentaires I'essai s'applique)
selon le Tableau 5
A13.1.1 Vérifier qu'aucun P4 pour la fréquence LMessai doit étre Aucun évérjement
événement RVC n'est réalisé conformément RVC ne doit étre
détecté si I'amplitude de au Tableau 8. détecté.
tension varie trop lentement
Voir NOTE 1
A13.1.2 Vérifier qu'aucun P4 pour laifréquence L'essai doit étre Aucun événement
événement RVC n'est réalisé conformément RVC ne doit étre
détecté si I'amplitude de au Tableau 9 détecté.
tension varie en dessous du
seuil.
Voir NOTE 1
A13.1.3 Vérifier que si un creux de P4 pour la fréquence L'essai doit étre Aucun événement
tension ou une surtension réalisé conformément RVC ne doit étre
est détecté au cours.d'un au Tableau 10 détecté.
événement RVC/y '‘compris R
les 100/120 deMmircycles Un creux dpit étre
désactivés, I'iév&nement detecte.
RVC est ignoré et
enregistré e€n tant que creux
ou surtension.
VoinNOTE 2
NOTE 1|_Une tension efficace est au régime établi_si aucune des valeurs 100 U ..., précédentes |(1 s) ne

dépasse le seuil RVC issu de la moyenne arithmétique de ces valeurs 100 U,

eff(%4)"

NOTE 2 Si un creux de tension ou une surtension est détecté au cours d'un événement RVC, y compris les
100 demi-cycles désactivés, I'événement RVC est ignoré car I'événement n'est pas un événement RVC. Il s'agit
d'un creux de tension ou d'une surtension.
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Tableau 8 — Spécification de I'essai A13.1.1

Définition t0=0 t1 =100 t2 = 300 t3 = 400 demi- t4 = 600 t5 = fin de
d'essai @ (début de demi-cycles demi-cycles cycles demi-cycles I'essai
I'essai) (début de (début
diminution) d'augmentation)
U 100 % de 100 % de 92 % de Uy, 92 % de Uy, 100 % de 100 % de
ves Udin Udin Udin Udin

@ Cette séquence d'essai est décrite a la Figure 19; les limites théoriques sont décrites a la Figure 20.
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Figure 19 — Forme d'onde A13.1.1

600

IE|

T



https://iecnorm.com/api/?name=a98f3c221ce0f038ffbe19a59a7b3e28

-210 - IEC 62586-2:2017 © |IEC 2017

1,1000

= Entrée
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Figufe 20 — Forme d'onde A13.1.1 avec les limites RVC et la moyenne arithmétique

Tableau 9 — Spécification de l'essai A13.1.2

Définition t0=0 t1 =100 t2 = 150 demi- | ffin N.A. N.A.
d'essai @ (début de demi-cycles cycles
I'essai) (dimindtion) (augmentation)
U 100 % de 97 % de Uy, 100 % de Uy, 100 % de N.A. N.A
ves Udin Udin

@ Cette séquence d'essai-est décrite a la Figure 21; les limites théoriques sont décrites a la Figure 22.
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Figure 21 — Forme d'oan 3.1.2
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Figure 22 — Forme d'onde A13.1.2 avec les limites RVC et la moyenne arithmétique
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Tableau 10 — Spécification de I'essai A13.1.3

Définition t0=0 t1 =100 t2 =150 t3 = 250 demi- | ffin N.A.
d'essai @ (début de demi-cycles demi-cycles cycles
I'essai) (1 (2° (augmentation)
diminution) diminution)
U 100 % de 93 % de Uy, 85 % de Uy, 100 % de Uy, 100 % de N.A.
ves Udin Udin

a8 Cette séquence d'essai est décrite a la Figure 23

b Les limites théoriques sont décrites & la Figure 24.

,10

,05

,00

,95
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,80 T T T T T
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Figure 23 — Forme d'onde A13.1.3
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Figure 24 — Forme d'onde A13.1.3 avec les limites RVC et la moyenne arithmétique
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6.13.4 Essai "seuil et configuration RVC"

N° Objectif de I'essai Points d'essai selon Conditions d'essai Critére d'essai (si
le Tableau 3 complémentaires I'essai s'applique)
selon le Tableau 5
A13.2.1 Vérifier que les valeurs de P4 pour la fréquence L'essai doit étre Un événement
configuration RVC réalisé conformément RVC doit étre
spécifiees en 6.13.2.3 sont au Tableau 11 détecté:
lides.
vanaes Début: 100 demi-
Le seuil RVC ne peut pas cycles
étre soumis a I'essai de oo
maniére précise, mais il est AUma_x' 70 % de Udin
possible de vérifier que sa AU 7 % de Uy,
"ffj‘ll‘f‘“f\ ??t TRUE I_‘?"ig}f Durée: 63 demi-
IAWAY] L\’U’rna‘x SCUll I\V\:. CyCIeS i 2 jeml_
L'hystéresis RVC peut étre cycles
mesurée indirectement en
mesurant la durée RVC.
Tableau 11 — Spécification de I'essai A13.2.1
Définition t0=0 31 = _1 00 | tfin N.A. N.A. N.A.
. : emi-cycles
d'essai (début de y
I'essai) (diminution)
U, 100 % de Uy, | 93 % de Uy, 93 % de Uy, N.A. N.A. N.A.
a8 Cette péquence d'essai est décrite a la Figure 25;
b Les lifites théoriques sont décrites a la Figure 26.
1,10
1,05
1,00
= Entrée
0,95
0,90
0,85 T T T T T 1
0 100 200 300 400 500 600
IEC

Figure 25 — Forme d'onde A13.2.1
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Figure 26 — Forme d'onde A13.2.1 avec les limites)RVC et la moyenne arithmétique

6.13.5 | Essai "paramétres RVC"

N° Objectif de I'essai Points d'essai selon Conditions d'essai Critére d'egssai (si
le Tableau 3 complémentaires I'essai s'applique)
selon le Tableau 5
A13.3.1 Vérifier que les parametres P4 pour la fréquence L'essai doit étre Un événemient
RVC mentionnés ci-dessus réalisé conformément RVC détecté:
sont valides. au Tableau 12 i .
Début: 100|demi-
Voir NOTE cycles
AU .0 7 % de Uy,
AU 3 % de Uy,

Durée: 49 demi-
cycles = 2 demi-
cycles

Les pargmetres suivants peuvent étre soumis a l'essai:

- Heure de'début d'un événement RVC: un événement RVC doit étre horodaté en utilisant I'heure a lafuelle la
valeyr.dd signal logique "tension en régime établi" est devenue FALSE et a initié I'événement RVC.

- Lavaleur AU, d'un événement RVC correspond a la différence absolue maximale entre toute valeur Ueff('/z)
relevée au cours de I'événement RVC et la moyenne arithmétique finale des valeurs 100/120 U4.,, relevee
juste avant I'événement RVC. Pour les réseaux polyphasés, la valeur AU_ . est la plus élevée sur n'importe
quel canal.

— La valeur AU, d'un événement RVC correspond a la différence absolue entre la moyenne arithmétique
finale des valeurs 100/120 Uettony relevée juste avant I'événement RVC et la premiére moyenne arithmétique
des valeurs 100/120 U, relevee aprés I'événement RVC. Pour les réseaux polyphasés, la valeur AU est

la plus élevée sur n'importe quel canal.

— Durée d'un événement RVC: plus courte de 100/120 demi-cycles que la durée au cours de laquelle la valeur
du signal logique "tension en régime établi" est FALSE.
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Tableau 12 — Spécification de I'essai A13.3.1

Définition t0=0 t1 = 100 demi-cycles t2 = 150 demi-cycles tfin
d'essai ? (début de I'essai) (diminution) (augmentation)
U, 100 % de Uy, 93 % de Uy, 97 % de Uy, 97 % de Uy,
a8 Cette séquence d'essai est décrite a la Figure 27;
b Les limites théoriques sont décrites & la Figure 28.
1,10
1,05
1,00
— Entrée
0,95
0,90
0,85 T ‘ T T ‘
0 100 200 300 400 604
IT: 0

Figure:27 — Forme d'onde A13.3.1
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Figure 28 — Forme d'onde A13.3.1 avec les limites.RVC et la moyenne arithmétique

6.13.6 | Essais "événement polyphasé RVC"

N° Objectif de I'essai Points d'essai selon Conditions d'essai Critéere d'gssai (si
le Tableau 3 complémentaires I'essai s'applique)
selon le Tableau 5
A13.4.1 Vérifier le point suivant: P4'‘pour la fréquence L'essai doit étre Un événemlent
dans un réseau polyphasé, réalisé conformément RVC polyphasé
la détection d'un événement au Tableau 13 doit étre détecté:

RVC dépend du signal

logique combiné "tension Début: 100{demi-

en régime établi". Céisignal cycles
correspond a |'opétateur AU 8% de U.
logique AND du-signal NIRRT
logique "tension_én régime ss din
établi" de ehaque phase. Durée: 59 demi-

) cycles + 2 gemi-
Voir NOTE cycles

Pour un|réseau_ polyphasé, le signal logique combiné "tension en régime établi" doit correspondre a I'opérateur
logique AND,du signal logique "tension en régime établi" de chaque canal de tension. Le parameétre suivfant peut
étre soumis d I'essai:

— Heure de début d'un événement RVC: un événement RVC doit étre horodaté en utilisant I'heure a laquelle la
valeur du signal logique "tension en régime établi" combiné est devenue FALSE et a initié I'événement RVC.

— Valeur AU, de I'événement RVC: pour les réseaux polyphasés, la valeur AU,
n'importe quel canal.

, est la plus élevée sur

— Valeur AU de I'événement RVC: pour les réseaux polyphasés, la valeur AU, est la plus élevée sur
n'importe quel canal.

— Durée d'un événement RVC: plus courte de 100/120 demi-cycles que la durée au cours de laquelle la valeur
du signal logique combiné "tension en régime établi" est FALSE.
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Tableau 13 — Spécification de I'essai A13.4.1

Définition t0=0 t1 =100 2 =120 t3 =140 t4 =160 t5 =180
d'essai @ (début de demi-cycles demi-cycles demi-cycles demi-cycles demi-cycles
I'essai)
Uyss phase 1 100 % de 97 % de Uy, 97 % de Uy, 97 % de Uy, 97 % de Uy, 97 % de Uy,
Udin
Uyss phase 2 100 % de 100 % de 93 % de Uy, 93 % de Uy, 93 % de Uy, 96 % de Uy,
Udin Udin
Uyss phase 3 100 % de 100 % de 100 % de 92 % de Uy, 100 % de 100 % de Uy,
Udin Udin Udin Udin
Définition 6 =200 Hin NA NA NA N A
d'essai ? demi-cycles
Uyss phaselt 100 % de 100 % de N.A. N.A. N.A. N.A.
Udin Udin
Uyss phasele 96 % de Uy, 96 % de Uy, N.A. N.A. N.A. N.A.
Uyss phasels 100 % de 100 % de N.A. N.A. N.A, N.A.
Udin Udin
@ Cette péquence d'essai est décrite a la Figure 29.
0.01
0.01 PhaseA
= Phase B
Plhase C
0.01 | . EE— —
0.01
0.01
0.01 T T 1 1 1
0 50 100 150 200 250 300 350

Figure 29 — Forme d'onde A13.4.1

IEC
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6.13.7 Essais "condition VSS (tension en régime établi)”

N° Objectif de I'essai Points d'essai selon Conditions d'essai Critére d'essai (si
le Tableau 3 complémentaires I'essai s'applique)
selon le Tableau 5
A13.5.1 Vérifier que, si le deuxiéme P4 pour la fréquence L'essai doit étre Un événement
événement RVC démarre réalisé conformément RVC détecté:
avant que la valeur du au Tableau 14 N )
signal logique "tension en Debut: 100 demi-
régime établi" devienne cycles
TRUE, un seul événement AU -9%de U.
RVC est détecté. AU"Z6 % de Ud_d'"
ss” n
Vérifier que le compteur ne Durée: 170 demi-
rétablit pas la valeur VSS cycles + 2 demi-
"tUIIDIUII CTlI .I UHIII’IU‘ Utab:l" CyC|eS
sur TRUE si la période = 90
demi-cycles (< 100).@ VSS,>'90 demi-
cycles
A13.5.2 Vérifier le point suivant: si Fréquence 50 Hz L'essai doit étre Deux événg¢ments
le deuxiéme événement i réalisé conformément RVC détecfés:
RVC démarre aprés que la P4 pour la frequence | 5, Tapleau 15. _
valeur du signal logique RVC1:
"tension en régime établi" Début: 100|demi-
est devenue TRUE, deux cycles
événements RVC doivent
étre détectés. AU 7 % de Uy,
AU 3 % de Uy,
Vérifier que le compteur ss n
rétablit la valeur VSS Durée: 50 demi-
"tension en régime établi" cycles = 2 gemi-
sur TRUE si la période = cycles
110 demi-cycl >100).°
emi-cycles ( ) RVC2:
Début: 270|demi-
cycles
AU, ... 6 % de Uy,
AU 3 % de Uy,
Durée: 57 demi-
cycles = 2 demi-
cycles
VSS < 110 |demi-
cycles

2 |l cohvient qu'un seul événement RVC soit détecté. Le présent essai confirme que le compteur ng rétablit
pas |a valeur "tension en.régime établi" sur TRUE avant 100 demi-cycles (pour I'essai, 90 demi-cygles sont
utilisgs).

b Il convient que déux événements RVC indépendants soient détectés. Le présent essai confirme que le
compteur rétablit{la valeur "tension en régime établi" sur TRUE avant 100 demi-cycles (pour l'esjsai, 110
demi-cycles sont/utilisés).

Fabteau-t4—=Spécificationdet'essai At3:5:
Définition t0=0 t1 =100 t2 =150 t3 = 240 t4 =270 tfin
d'essai @b (début de demi-cycles demi-cycles demi-cycles demi-cycles
I'essai)
U, 100 % de Uy, 93 % de Uy, 97 % de Uy, 91 % de Uy, 94 % de Uy, 94 % de Uy,

a8 Cette séquence d'essai est décrite a la Figure 30.

b

Les limites théoriques sont décrites a la Figure 31.
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Figure 31 — Forme d'onde A13.5.1 avec les limites RVC et la moyenne arithmétique
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Tableau 15 — Spécification de I'essai A13.5.2

Définition t0=0 t1 =100 12 =150 13 = 260 t4 = 320 tfin
. : demi-cycles demi-cycles demi-cycles demi-cycles
d'essai 2 | (4ébut de y y y y
I'essai)

U, 100 % de Uy, 93 % de Uy, 97 % de Uy, 91 % de Uy, 94 % de Uy, 94 % de Uy,
a8 Cette séquence d'essai est décrite a la Figure 32.
b Les limites théoriques sont décrites a la Figure 33.

1,10

1,05

1,00

—— Entrée

0,95

0,90

0,85 T T T T T 1

0 100 200 300 400 500 600
IEC
Figure 32 — Forme d'onde A13.5.2
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Figufre 33 — Forme d'onde A13.5.2 avec les limite§’RVC et la moyenne arithmétique

6.14 Amplitude du courant

La procgdure d'essai spécifiée en 6.2 doit étre utilisée (en remplagant "amplitude de fension”
par "amplitude de courant") avec les points;d'essai applicables spécifiés dans le Tableau 3 et
le Tablgau 4.

6.15 Courant harmonique

La procgdure d'essai spécifiée'en 6.6 doit étre utilisée (en remplagant "amplitude de fension"
par "amplitude de courant")vavec les points d'essai applicables spécifiés dans le Tableau 3 et
le Tablgau 4.

6.16 Courants interharmoniques

La procgdure d'essai spécifiée en 6.7 doit étre utilisée (en remplagant "amplitude de fension"
par "amplitude de courant") avec les points d'essai applicables spécifiés dans le Tableau 3 et
le Tablelau 4

6.17 Déséquilibre de courant
6.17.1 Généralités

Utiliser une source d'alimentation en courant alternatif a 3 canaux respectant ou dépassant
les valeurs de stabilité suivantes dans les conditions de référence: tension + 0,02 %, angle de
phase = 0,02°

NOTE 1 Les conditions de référence pour PQI sont définies dans I'lEC 62586-1.

NOTE 2 Si la valeur spécifiée de 7 est supérieure a 5 A, le courant de phase peut étre choisi dans un intervalle
compris entre 20 % et 100 % de 7, mais pas en de¢a de 5 A.
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6.17.2 Méthode de mesure, incertitude de mesure et étendue de mesure

NO

Objectif de I'essai

Conditions d'essai

Conditions d'essai
complémentaires

Critére d'essai (si
I'essai s'applique)

A17.1.1

Vérifier l'incertitude de la
mesure de déséquilibre.

Connecter une source
d'alimentation en
courant alternatif a 3
canaux et procéder aux
réglages suivants:

Canal 1 sur 100,2 % de
1., 0,00°

Canal 2 sur 99,9 % de
1,,-120,00°

N.A.

Vérifier si igeti,se
situent entre 0 % et
0,35 %.

Canal 3 sur 99,9 % de
1, 120,00°

A17.1.2

Vérifier l'incertitude de la
mesure de déséquilibre.

Connecter la source
d'alimentation en
courant alternatif a 3
canaux et procéder aux
réglages suivants:

Canal 1 sur 110 % de
I, 0,00°

Canal 2 sur 95 % de I,
-120,00°

Canal 3 sur 95 % de I,
120,00°

N.A.

Vérifier.si ig
situent entre
5,2/%.

~
o

% et

)

A17.1.3

Vérifier l'incertitude de la
mesure de déséquilibre.

Connecter la source
d'alimentation en
courant alternatif a 3
canaux et procéder’aux
réglages suivants:

Canal 1 sur~100 % de
I, 0,00°

Canal™2 sur 100 % de
I.,,—160,00°

€anal 3 sur 100 % de
1., 90,00°

NLA.

Vérifier si igpti, se
situent entre[17,5 %
et 18,1 %.

A17.1.4

Vérifier l'incertitude de la
mesure de déséquilibre;

Connecter la source
d'alimentation en
courant alternatif a 3
canaux et procéder aux
réglages suivants:

Canal 1 sur 55 % de I,
0,00°

Canal 2 sur 47,5 % de
I, -120,00°

N.A.

Vérifier si i
situent entre
5,3 %.

~ T
=
N
w
(0]

7 % et

Canal 3 sur 47,5 % de
1,,120,00°

A17.1.5

Vérifier l'incertitude de la
mesure de déséquilibre.

Connecter la source
d'alimentation en
courant alternatif a 3
canaux et procéder aux
réglages suivants:

Canal 1 sur 105 % de
1., 0,00°

Canal 2 sur 97,5 % de
1,,-120,5°

Canal 3 sur 97,5 % de
I, 120,5°

N.A.

Vérifier si iy se situe
entre 1,8 % et 2,2 %.
Vérifier si i, se situe
entre 2,8 % et 3,2 %.
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7 Procédure d'essais fonctionnels pour les instruments conformes a la
classe S selon I'lEC 61000-4-30

7.1 Fréquence industrielle

7.1.1

Généralités

La mesure de fréquence doit s'effectuer sur le canal de référence.

7.1.2 Méthode de mesure
La procédure d'essai est identique a celle définie pour la classe A.
Chaque|essai doit durer au moins 2 min.
N° Objectif de I'essai Points d'essai selon Conditions d'essai Critere d'essai (si
le Tableau 3 complémentaires I'éssai s'agplique)
S1.1.1 | Vérifier que l'intervalle Boucle (voir Compter le nombre de’.)| TC10s(sam
moyen est de 10 s graphique ci- relevés de fréquende
dessous): en 2 min (N) TC(11< N <[13)
Triangle P1-P3
Durée: 5 s
Triangle P3-P1
Durée: 5s
fHz
5s 10s 15s
7.1.3 Incertitude de_mesure et étendue de mesure
7.1.31 Incertitude dans les conditions de référence
La procgédured'essai est identique a celle définie pour la classe A.
cott-dur H-rehs—min

Chaque
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mesure

N° Objectif de I'essai Points d'essai selon Conditions d'essai Critéere d'essai (si
le Tableau 3 complémentaires I'essai s'applique)
S1.2.1 Veérifier I'étendue de P1 pour la fréquence 2 N.A. TC10s(unc)
mesure
S1.2.2 | Vérifier I'étendue de P2 pour la fréquence 2 N.A. TC10s(unc)
mesure
S1.2.3 | Vérifier I'étendue de P3 pour la fréquence 2 N.A. TC10s(unc)

Les instruments destinés a fonctionner a 50 Hz doivent utiliser les chiffres fournis a la ligne "Fréquence

50 Hz" dans le Tableau 3. Les instruments destinés a fonctionner a 60 Hz doivent utiliser les chiffres fournis
a la ligne "Fréquence 60 Hz" dans le Tableau 3. Les instruments destinés a fonctionner a 50 Hz et 60 Hz
doivent utiliser les chiffres fournis aux deux lignes "Fréquence 50 Hz" et "Fréquence 60 Hz".

7.1.3.2 Variations en fonction des grandeurs d'influence uniques
La procédure d'essai est identique a celle définie pour la classe A.
Chaque|essai doit durer au moins 1 min.
N° Objectif de I'essai Points d'essai selon Conditions d'essai Critére d'essai (si
le Tableau 3 complémentaires I'essai s'appllique)
S1.3.1 Mesurer l'influence de P2 pour la fréquence 2° S1 pour I'amplitude de TC10s(unc)
I'amplitude de tension la tension
sur l'incertitude de
mesure (pour les
calculs ultérieurs
requis a I'Article 8).
S1.3.2 | Mesurer l'influence des | P2 pour la fréquence 2P S1 pour les TC10s(unc)
harmoniques sur harmoniques
I'incertitude de mesure
(pour les calculs
ultérieurs requis a
I'Article 8).
a8 Les instruments destinés a fonctionner a'60"Hz doivent utiliser les chiffres fournis a la ligne "Fréquer|ce
50 Hi" dans le Tableau 3. Les instruments destinés a fonctionner a 60 Hz doivent utiliser les chiffres|fournis
a la ligne "Fréquence 60 Hz" dans le\Fableau 3. Les instruments destinés a fonctionner a 50 Hz et 60 Hz
doivent utiliser les chiffres fournis aux deux lignes "Fréquence 50 Hz" et "Fréquence 60 Hz".
b La mesure de fréquence s'effectue sur le canal de référence.
7.1.4 Evaluation.de mesure
N° Objectif de I'essai Essai
S1.4.1 Canal de référence Il doit étre vérifié que la mesure de fréquence s'effectue sur lefcanal
de référence.
7.1.5 Agrégation de mesure

L'agrégation n'est pas requise pour la fréquence industrielle.

7.2
7.2.1

Méthode de mesure

Amplitude de la tension d'alimentation

La procédure d'essai est identique a celle définie pour la classe A.

Chaque essai doit durer au moins 1 s.
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N° Objectif de I'essai Essai
S2.1.1 | Vérifier les mesures sans Un essai doit étre réalisé conformément aux exigences de I'Annexe F.
intervalles et sans
chevauchement

NOTE Les essais suivants ne sont pas répertoriés ici car ils sont couverts par d'autres essais: vérifier la
mesure efficace vraie (couverte par d'autres essais), vérifier la précision de base de la mesure de 10/12 cycles
(couverte par d'autres essais).

7.2.2 Incertitude de mesure et étendue de mesure

7.2.21 Incertitude dans les conditions de référence

La procédure d'essai est identique a celle définie pour la classe A.

Chaque|essai doit durer au moins 1 s.

N° Objectif de I'essai Points d'essai selon Conditions d'essai Critéere d'essai (si
le Tableau 3 complémentaires I'essai s'applique)
S2.2.1 | Vérifier I'étendue de P1 pour I'amplitude de N.A. TC10/12(unc)
mesure la tension
S2.2.2 | Vérifier I'étendue de P3 pour I'amplitude de N.A. TC10/12(unc)
mesure la tension
S2.2.3 | Vérifier I'étendue de P5 pour I'amplitude de N.A. TC10/12(unc)
mesure la tension

7.2.2.2 Variations en fonction des grandeurs d'influence uniques

La procgédure d'essai est identique a celle définie pour la classe A.

Chaque|essai doit durer au moins 1 s

N° Objectif de I'essai Points d'essai selon Conditions d'essai Critére d'essai (si
le Tableau 3 complémentaires I'essai s'appllique)
selon le Tableau 4
S2.3.1 Mesurer l'influence/de P3 pour I'amplitude de S1 pour la fréquence TC10/12(unc)
la fréquence sur, la tension i
lincertitude de.mesure S3 pour la fréquence TC10/12(unc)

(pour les caltuls
ultérieurs_requis en 8).

S2.3.2 | Mesugerl'influence des | P3 pour I'amplitude de S1 pour les TC10/12(unc) dur le
harmoniques sur la tension harmoniques ch1 comparé ajune
l{ncertitude de mesure tension de réféfence

(pour les calculs
ultérieurs requis en 8).

7.2.3 Evaluation de mesure

Non applicable.

7.2.4 Agrégation de mesure
7.2.4.1 10/12 cycles avec 10 min de synchronisation

Non exigé pour la classe S.

La classe S nécessite des blocs 10/12 cycles sans intervalles et sans chevauchement
(essai S2.1.1). Il n'existe pas d'autre exigence sur la synchronisation de 10 min.
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Agrégation de 150/180 cycles avec 10 min de synchronisation

Chaque essai doit durer au moins 11 min et doit contenir au moins deux impulsions de 10 min
RTC consécutives.

N° Objectif de I'essai Points d'essai selon Conditions d'essai Critere d'essai (si
le Tableau 3 complémentaires I'essai s'applique)
S2.51 Vérifier I'implémentation Boucle (voir f=50,125 Hz Vérifier que
sans intervalles graphique ci- (couvrant 50 Hz) et/ou I'agrégation de
dessous): 60,15 Hz (couvrant 150/180 cycles est
L L 60 Hz) selon le choix conforme a
~ variation linéaire de | gy fapricant I'EC 61000-4-30.
la tension de P1 a
P3 pendant une
durée de T,
puis
— variations linéaires
de la tension de P3
a P1 pendant une
durée de 1 min.
>
1 min 2 min 3 min
Il convignt qu'une impulsion de 10 min se produise au milieu de lintervalle de temps de 150/180 cycles
numéro P01.
NOTE pO0 125 Hz = (200,5/ 600) x 150; 60,15 Hz = (200,5 / 600) x 180
7.2.4.3 Agrégation de 10 min
Chaque|essai doit durer'ad moins 11 min et doit contenir au moins deux impulsions d¢ 10 min

RTC co

nsécutives.
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NO

Objectif de I'essai

Points d'essai selon

le Tableau 3

Conditions d'essai
complémentaires
selon le Tableau 4

Critére d'essai

S$2.6.1

Vérifier I'agrégation de
10 min.

Boucle (voir graphique
ci-dessous):

variation linéaire
de la tension de P1
a P3 pendant une
durée de 1 min,
puis

variations linéaires
de la tension de P3
a P1 pendant une

S2 pour la fréquence

Vérifier que
I'agrégation de

10 min est conforme
a I'lEC 61000-4-30.

1 min

2 min 3 min

7.2.4.4

Si appli

Agrégation de 2 h

cable, I'essai doit étre réalisé conformément au tableau ci-dessous:

NO

Objectif de I'essai

Points\d'essai selon
le Tableau 3

Conditions d'essai
complémentaires

Critere d'epsai (si
I'essai s'agplique)

S2.7.1

Vérifier I'agrégation de 2 h.

Hdoit étre vérifié que la valeur agrégée de 2 h est fournie par

I’équipement soumis a I'essai.

7.3 P

Des esg

7.4 (

NOTE D

apillotement

oupures,/creux et surtensions de la tension d'alimentation

autres.instructions d'essai sont fournies dans I'"Annexe D et dans I'Annexe E.

ais doivent étre Téalisés conformément aux exigences d'essai de I'lEC 61000-4-15.
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7.4.1 Exigences générales
N° Objectif de I'essai Points d'essai selon Conditions d'essai Critéres d'essai (si
le Tableau 3 complémentaires I'essai s'applique)
S4.1.1 Vérifier que les valeurs P4 pour la fréquence 2 Cet essai ne nécessite Pour
appropriées sont utilisées pendant au moins 15s 9. pas de générateur I'implémentation de
our U, ou U .. ) synchronisé. U , vérifier que
P eff(1) off(%) Il convient d'effectuer y Iaeggc)]uence Uq
Si Uggyy,, €St utilisé, un palier de tension au | — A T1, injecter une contient au maim
vérifier que les tensions passage par zéro. coupure a 0 % de une valeur sur
Urms() SONt Ugip d'une durée de | cpaque phase
synchronisées 2 cycles suivie par ayant I'amplitude
indépendamment sur un palier a 90 % de de la coupure
chaque canal sur le Uy, d'une durée de injectée (dans la
passage par zéro. 2 cycles, puis un précision
IC’:H;IIIU U’tdb:l C\l 94 nO d'amplltude déflnle
de UV surle par I''EC 61/000-4-
canal 1. 30).
— AT1+ 10 cycles + Pourd/ ..,
1/3 cycle, appliquer eff(%2)
le méme profil sur le (}~7 vérifier, gour
canal 2. chaque danal,
que la séquence
— AT1+20cycles > de U - dans
. e 2
1/3 cycle, appliquer l'instrument est
le méme profil sur le conformd a Ia
canal 3: séquencg définie
Voir Figure 1 et a la Figure 4:
Figure 2. — vérifier I balise
temporelle de
Ueffﬁ‘/z) M+ 1)
sur le'capal 1:
T1 + % cycle;

— vérifier gle la
balise temporelle
de Uettva (N+1)
sur le capal 2 est
T1+ 10,5
cycles +[1/2 cycl
€,

— vérifier gle la
balise temporelle
de Ust( (N+1)
sur le capal 3 est
T1 + 20,4 cycles
+ 1/2 cycle.

S4.1.2 Vérifier I'exigence de P5 pour les surtensions ? Cet essai ne nécessite | Vérifier que|toutes

précision.dé T'amplitude et
de la durée 9

P4 pour la fréquence 2@

pas de générateur
synchronisé.

La variation
d'amplitude du signal

les durées ¢t
amplitudes felevées
sur les meslres de

creux/surtemsion/co

’ upure sont
pour créer des conformes
creux/surtensions/coup I'IEC 61000-4-

ures sera simultanée
dans le temps.

L'essai doit étre réalisé
avec les durées
suivantes: 1; 1,5; 2,5;
10; 30 et 150 cycles.

NOTE 1 Pour U(1),
les points d'essai 1 et
1,5 sont exclus.

Voir Figure 34 et
Figure 36 pour plus de
détails sur I'injection
du signal. Voir Figure
35 et Figure 37 pour la
séquence attendue de
Ug(1/2).

30:2015, 5.4.5.1
(exigence de
précision de
I'amplitude) et
5.4.5.2 (exigence
de précision de la
durée).
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N° Objectif de I'essai Points d'essai selon Conditions d'essai Critéres d'essai (si
le Tableau 3 complémentaires I'essai s'applique)
P3 pour les Pour les
creux/coupures ? implémentations de
U..(1), la séquence
; ff
P4 pour la frequence ® | afiendue dépend de
I'alignement de la
fenétre U, qui peut
ne pas étre
synchronisée avec les
passages par zéro.
S4.1.3 Vérifier le seuil. P2 pour les surtensions ¢ | Cet essai ne nécessite | Vérifier que la
i a pas de générateur précision de la
P4 pour la frequence synchronisé. durée est conforme
P1 pour les surtensions ° ¢ La variation gol'-lztoti?é)&oé‘lz_
P4 pour la fréquence 2 d'amplit'ude du signal
pour créer des
P2 pour les creux/surtensions/coup
creux/coupures P © ures sera simultanée
| dans le temps.
P4 pour la fréquence 2@
L'essai doit étre réalisé
P1 pour les avec la durée suivante:
creux/coupures ° © 2,5 cycles.
P4 pour la fréquence 2
S4.1.4 Veérifier l'influence de la P1 pour la fréquence 2 Cet essai\ne nécessite | Vérifier quella
fréquence du réseau. pas_de générateur précision dq la
P2 pour les b synchronisé. durée est conforme
creux/coupures O ariation aI'lEC 61000-4-
variati .
P3 pour la frequence @ <\ g'amplitude du signal 30:2015, 5.4.5.2.
P2 pour les pour créer des
creux/coupures ° creux/surtensions/coup
ures sera simultanée
dans le temps.
L'essai doit étre réalisé
avec les durées
suivantes: 2 et 30
cycles.
S4.1.5 || Vérifier les Ur’'essai doit étre réalisé conformément aux exigences du 7.4.2 pt du
creux/coupures/ 7.4.3.
surtensions dans un
réseau polyphasé.
S4.1.6 Veérifier la référence.de 1) Configuration: Voir Figure 38. Il convient de ne

tension de glissement —
fonctionnement\eén régime
établi

choisir la tension de
référence de
glissement avec un
seuil de creux défini
sur 90 % de U,
hystérésis = 2 % de
Udin-

détecter aug¢un
creux.

2tnjectertatemsiomren
régime établi a Uy,
pendant au moins

5 min. Réduire ensuite
I'amplitude de tension a
95 % de Uy, pendant
5 min, puis a 87 % de
Uqgin pendant 5 min.

3) Injecter un creux
d'une durée de 5 cycles
a 50 % de Udin'

Verifier que
I'instrument détecte
un creux a 57,5 %
de Ut

NOTE 2 57,5% =
50/87 x 100 %
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N° Objectif de I'essai Points d'essai selon Conditions d'essai Critéres d'essai (si
le Tableau 3 complémentaires I'essai s'applique)
S4.1.7 Veérifier la référence de 1) Configuration: Voir Figure 39 L'instrument doit
tension de glissement — choisir la tension de détecter un début
Condition de démarrage référence de de coupure.
de la référence de glissement avec un
glissement seuil de creux défini
sur 90 % de Uyjp,
hystérésis = 2 % de
Udin-
2) Mettre l'instrument
sous tension avec 0 V
injecté aux tensions
d'entrée.
3) Aprés 5 min + temps Vérifier due

I'instrument|a
détecté unel|fin de
coupure.

d'amorgage de
I'instrument, injecter la
tension = Uy,

NOTE 3 L'objectif est
de vérifier que la
tension de référence de
glissement est générée

a partir d'une valeur
initiale de Uy, et
qu'elle n'est pas
actualisée tant que la
tension n'est pas
appliquée.

a8 Les Instruments destinés a fonctionner a 50 Hz doivent utiliser les chiffres fournis a la ligne "Fréquerjce
50 HE" dans le Tableau 3. Les instruments destinés a fonctionner a 60 Hz doivent utiliser les chiffres|fournis
ala ligne "Fréquence 60 Hz" dans le Tableau 3. Les instruments destinés a fonctionner a 50 Hz et 6Q Hz
doivent utiliser les chiffres fournis aux deux lignes "Fréquence 50 Hz" et "Fréquence 60 Hz".

b Points d'essai P1, P2, P3, P4 et P5 décrits dans le\Tableau 3 et dans I''EC 61000-4-30:2015, Tableay C.1.

¢ Le ppint d'essai P1 ne doit pas étre identifié_comme un creux/une surtension et le point d'essai P2 doit étre
iden{ifié comme un creux/une surtension.
La valeur recommandée pour le seuil-de creux est de 90 % de U, et la valeur recommandée poul le seuil

de suyirtension est de 110 % de Uginy hystérésis = 2 %.
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Signal d'essai: creux de 60 %, 2,5 cycles
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Figure 34 — Détail 1 de la forme d'onde pour l'essai
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Signal d'essai: surtension de 200 %, 2,5 cycles

Volts

Cycles
IEC

6

Figure 37 — Détail 2 de la forme d'onde pour les essais
des surtensions conformément a I'essai S4.1.2
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Figure 38 — Essai de la tension de référence de glissement
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